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AND LABORATORY USE – EMC REQUIREMENTS –  
 

Part 3-1 :  Immuni ty requirements  for safety-related  systems  and   
for equipment intended  to  perform  safety-related  functions   

(functional  safety)  – General  i ndustrial  appl ications  
 

FOREWORD 

1 )  The  I n ternati onal  E lectrotechn i cal  Commiss ion  ( I EC)  i s  a  worl dwide  organ ization  for standard ization  compris i ng  
a l l  n ational  e l ectrotechn ical  commi ttees  ( I EC National  Comm i ttees).  The  object  of I EC i s  to  promote  
i n ternati ona l  co-operation  on  a l l  q uestions  concern i ng  standard i zati on  i n  the  e l ectri cal  and  e l ectron ic fi e l ds.  To  
th i s  end  and  i n  add i ti on  to  other acti vi ti es,  I EC  publ i shes  I n ternati onal  S tandards,  Techn ical  Speci fi cati ons,  
Techn ical  Reports ,  Publ i cl y Avai l abl e  Speci fi cati ons  (PAS)  and  Gu ides  (hereafter referred  to  as  “ I EC  
Publ i cation (s )” ) .  Thei r preparation  i s  en trusted  to  techn ical  commi ttees;  any I EC  Nati onal  Commi ttee  i n terested  
i n  the  subj ect  deal t  wi th  may parti ci pate  i n  th i s  preparatory work.  I n ternational ,  governmental  and  non -
governmental  organ izations  l i a i s i ng  wi th  the  I EC a l so  parti cipate  i n  th i s  preparation .  I EC col l aborates  cl osel y 
wi th  the  I n ternational  Organ i zation  for Standard ization  ( I SO)  i n  accordance  wi th  cond i t i ons  determ ined  by 
agreement between  the  two  organ i zati ons.  

2)  The  formal  decis ions  or ag reements  of I EC on  techn ical  matters  express,  as  nearl y  as  possible,  an  i n ternati ona l  
consensus  of opi n ion  on  the  rel evant  sub jects  s i nce  each  techn ical  commi ttee  has  representati on  from  a l l  
i n terested  I EC National  Committees.   

3)  I EC Publ i cations  have  the  form  of recommendations  for i n ternational  use  and  are  accepted  by  I EC National  
Commi ttees  i n  that  sense.  Whi l e  a l l  reasonable  efforts  are  made  to  ensure  that  the  techn ical  content  of I EC  
Publ i cations  i s  accu rate,  I EC  cannot  be  hel d  responsi ble  for the  way i n  wh ich  they are  used  or for any 
m i s i n terpretation  by any end  u ser.  

4)  I n  order to  promote  i n ternational  u n i form i ty,  I EC National  Comm i ttees  undertake  to  app ly I EC Pub l i cations  
transparentl y to  the  maximum  extent  poss ible  i n  the i r national  and  reg i onal  publ i cati ons.  Any d i vergence  
between  any I EC Pub l i cation  and  the  correspond i ng  national  or reg i onal  publ i cati on  shal l  be  cl earl y i n d icated  i n  
the  l atter.  

5)  I EC i tsel f d oes  not  provi de  any attestation  of conform i ty.  I n dependent  certi fi cati on  bod ies  provi de  conform i ty 
assessment  services  and ,  i n  some  areas,  access  to  I EC marks  of conform i ty.  I EC i s  not  respons i ble  for any 
services  carri ed  ou t  by i ndependent certi fi cation  bod i es .  

6)  Al l  u sers  shou ld  ensure  that  they have  the  l atest  ed i ti on  of th i s  publ i cati on .  

7)  No  l i abi l i ty shal l  attach  to  I EC  or i ts  d i rectors,  employees,  servants  or agen ts  i ncl ud ing  i n d ivi dual  experts  and  
members  of i ts  techn ical  comm i ttees  and  I EC  Nati onal  Commi ttees  for any personal  i n j u ry,  property  damage  or 
other damage  of any natu re  whatsoever,  whether d i rect  or i nd i rect,  or for costs  ( i ncl ud i ng  l egal  fees)  and  
expenses  ari s i ng  ou t  of the  publ i cation ,  use  of,  or re l i ance  upon ,  th i s  I EC Publ i cati on  or any other I EC  
Publ i cations.   

8)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  Normative  references  ci ted  i n  th i s  publ i cation .  Use  of the  referenced  publ i cations  i s  
i nd i spensable  for the  correct  appl i cati on  of th i s  publ i cation .  

9)  Attention  i s  d rawn  to  the  poss ib i l i ty that  some of the  e l ements  of th i s  I EC Publ i cation  may be  the  subject  of 
paten t ri gh ts .  I EC shal l  not  be  hel d  responsibl e  for i denti fyi ng  any or a l l  such  paten t ri gh ts .  

I n ternational  Standard  I EC  61 326-3-1  has  been  prepared  by subcommittee  65A:  System  
aspects,  of I EC techn ical  comm ittee  65:  I ndustria l -process  measurement,  control  and  
au tomation .  

Th is  second  ed i ti on  cancels  and  replaces  the  fi rst ed i ti on  publ ished  i n  2008.  Th is  ed i tion  
consti tu tes  a  techn ical  revision .  Th is  ed i ti on  i ncludes  the  fol l owing  s i gn i ficant techn ical  
changes  wi th  respect to  the  previous  ed i tion :  

•  extension  of the  frequency range  up  to  6  GHz for the  rad io-frequency e lectromagnetic fiel d  
test accord ing  to  I EC 61 000-4-3,  

•  rep lacement of the  performance cri terion  FS  wi th  DS  accord ing  to  the  generic  standard  
I EC 61 000-6-7,   

•  add ing  Table  1  – Aspects  to  be  cons idered  during  appl ication  of performance cri terion  DS ,  
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•  i ncl ud ing  immun i ty tests  for devices  wi th  curren t consumption  >  1 6  A accord ing  to  
I EC 61 000-4-34,  

•  updating  Table  8  – Frequency ranges  of mobi le  transm i tters  and  ISM  equ ipment,  

•  updating  F igure  A. 1  and  F igure  1  for better readabi l i ty.  

I EC 61 326-3-1  i s  to  be  read  in  con j unction  wi th  I EC 61 326-1 .   

The  text of th is  s tandard  is  based  on  the  fo l lowing  documents:  

FDIS  Report  on  voti ng  

65A/81 9/FDIS  65A/825/RVD  

 
Fu l l  i n formation  on  the  voti ng  for the  approval  of th is  s tandard  can  be  found  i n  the  report on  
voting  ind icated  in  the  above  table.  

Th is  publ ication  has  been  drafted  i n  accordance wi th  the  I SO/IEC  D irecti ves,  Part 2 .  

A l i st of a l l  the  parts  of the  I EC  61 326  series,  under the  general  t i tl e  Electrical equipment for 
measurement,  control and laboratory use – EMC requirements,  can  be  found  on  the  I EC  
websi te.   

The  committee  has  decided  that the  con ten ts  of th is  publ ication  wi l l  remain  unchanged  un ti l  
the  stabi l i ty date  i nd icated  on  the  I EC websi te  under "h ttp: //webstore. iec.ch"  i n  the  data  
re lated  to  the  speci fic  publ ication .  At  th is  date,  the  publ ication  wi l l  be   

•  reconfi rmed ,  

•  wi thdrawn ,  

•  rep laced  by a  revised  ed i tion ,  or 

•  amended .  

 

IMPORTANT – The 'colour inside'  logo  on  the  cover page  of th is  publ ication  ind icates  
that i t  contains  colours  which  are  considered  to  be  usefu l  for the  correct 
understand ing  of i ts  contents.  Users  shou ld  therefore print th is  document using  a  
colour printer.  
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INTRODUCTION  

Functional  safety i s  that  part  of the  overal l  safety relating  to  the  equ ipment under con trol  
(EUC)  and  the  EUC con trol  system  wh ich  depends  on  the  correct function ing  of the  e lectrical  
safety-related  systems.  To  ach ieve  th is ,  a l l  i tems  of equ ipment of the  safety-related  system  
wh ich  are  i nvolved  i n  the  performance of the  safety functions  must behave i n  a  speci fied  
manner under a l l  re levan t cond i ti ons.  

The  IEC basic safety publ ication  for functional  safety of e l ectrical /e lectron ic/programmable  
e lectron ic safety-related  systems  i s  I EC 61 508.  I t  sets  the  overal l  requ irements  to  ach ieve  
functional  safety.  Sufficien t immun i ty to  e lectromagnetic d isturbances  i s  one  of those  
requ irements .  

The  concept of I EC 61 508  d istingu ishes  between  the  cons ideration  of the  appl ication  and  the  
design  of safety-related  electrica l  and  e lectron ic systems.  The  overal l  safety requ irements  
speci fication  speci fi es  a l l  re levant requ i rements  of the  i n tended  appl ication ,  as  fo l lows:  

a)  defin i tion  of the  safety functions ,  based  on  a  risk assessment of the  i n tended  appl ication  
(wh ich  functions  are  i n tended  to  reduce risk);  

b)  appropriate  safety i n tegri ty l evel  (SI L)  for each  safety-function  based  on  a  ri sk assessment 
of the  i n tended  appl ication ;  

c)  defin i tion  of the  envi ronment i n  wh ich  the  system  is  i n tended  to  work includ ing  the  
e lectromagnetic  envi ronment as  requ ired  by I EC  61 508-2 .   

The  requ i rements  for each  safety function  are  then  speci fied  in  one  or more  system  safety 
requ irements  speci fications  (SSRS).  Hence,  wi th  regard  to  immun i ty against e l ectromagnetic 
phenomena,  the  essen tia l  starti ng  poin t i s  that the  e lectromagnetic environment and  i ts  
phenomena  are  considered  in  the  SSRS,  as  requ i red  by I EC 61 508.  The  safety-related  
system  in tended  to  implement the  speci fied  safety function  has  to  fu l fi l  the  SSRS,  and ,  from  i t,  
correspond ing  immun i ty requ irements  have  to  be  derived  for the  i tems  of equ ipment,  wh ich  
resu l ts  i n  an  equ ipment requ irement speci fication .  W i th  respect to  the  e lectromagnetic 
environment,  the  SSRS and  the  equ ipment requ i rement speci fication  shou ld  be  based  on  a  
competent assessment of the  foreseeable  e lectromagnetic threats  i n  the  real  envi ronment 
over the  whole  operational  l i fe  of the  equ ipment.  Hence,  immun i ty requ irements  for the  
equ ipment depend  on  the  characteristics  of the  e lectromagnetic envi ronment i n  wh ich  the  
equ ipment i s  i n tended  to  be  used .  

The  equ ipment manufacturer,  therefore,  has  to  prove  that the  equ ipment fu l fi l s  the  equ ipment 
requ irement speci fication  and  the  system  in tegrator must prove  that the  system  fu l fi l s  the  
SSRS.  Evidence  has  to  be  produced  by appl ication  of appropriate  methods.  They do  not need  
to  consider any other aspects  of the  appl ication ,  for example,  ri sk of the  appl ication  
associated  to  any fa i lu re  of the  safety-re lated  system .  The  objecti ve  i s  for a l l  equ ipment i n  the  
system  to  comply wi th  particu lar performance cri teria  taking  i n to  account functional  safety 
aspects  (for example,  the  performance cri terion  DS)  up  to  l evels  speci fi ed  i n  the  SSRS  
independent of the  requ i red  safety i n tegri ty l evel  (SI L) .  

For approaches  on  how to  appl y I EC  61 326-3  series,  see  Annex A.  

There  exists  meanwh i le  the  generic EMC standard  I EC 61 000-6-7  deal ing  wi th  functional  
safety aspects  i n  i ndustria l  envi ronments .  Generic  EMC standards  are  des igned  to  appl y for a  
defined  e lectromagnetic  envi ronment,  to  products  for wh ich  no  ded icated  product  fam i l y 
EMC/product EMC standards  exist.  However,  for the  equ ipment i n  the  scope of th is  document,  
the  i n formation  g i ven  i n  the  generic EMC standard  was  considered  not to  be  sufficient.  More  
detai l ed  i n formation  and  speci fications  were  needed ,  for example  speci fic test set-ups,  
cons ideration  of the  functional  earth  port or the  de l iberate  d i fferen tiation  between  types  of 
e lectromagnetic  environments  re levant  for the  equ ipment i n  the  scope of th is  document.   
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Though  h istorical l y th is  product  standard  was  developed  several  years  before  the  generic 
EMC standard ,  th is  2nd  ed i tion  cons iders  the  i n formation  g iven  in  the  generic  EMC standard  
and  appl ies  i t  where  appropriate.  
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ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT,  CONTROL  
AND LABORATORY USE – EMC REQUIREMENTS –  

 
Part 3-1 :  Immuni ty requirements  for safety-related  systems  and   

for equipment intended  to  perform  safety-related  functions   
(functional  safety)  – General  i ndustrial  appl ications  

 
 
 

1  Scope 

This  part of I EC  61 326  covers  a l l  equ ipment wi th in  the  scope of I EC  61 326-1 ,  bu t i s  l im i ted  to  
systems  and  equ ipment for i ndustria l  appl ications  in tended  to  perform  safety functions  as  
defined  i n  I EC  61 508  wi th  S I L  1 -3 .  

The  e lectromagnetic envi ronments  encompassed  by th is  product fam i l y standard  are  
i ndustria l ,  both  i ndoor and  outdoor,  as  described  for i ndustria l  l ocations  i n  I EC  61 000-6-2  or 
defined  i n  3 . 8  of I EC  61 326-1 .  Equ ipment and  systems  in tended  for use  i n  other 
e lectromagnetic environments,  for example,  i n  the  process  i ndustry or i n  environments  wi th  
poten tia l l y explos ive  atmospheres,  are  excluded  from  the  scope  of th is  document.   

Equ ipment and  systems  cons idered  as  “proven-in -use”  accord ing  to  I EC  61 508  or “prior use”  
accord ing  to  I EC  61 51 1  are  excluded  from  the  scope  of th is  document.   

F i re  a larm  systems and  securi ty a larm  systems in tended  for protection  of bu i ld i ngs  are  
excluded  from  the  scope of th is  document.  

2  Normative references  

The fol l owing  documents  are  referred  to  i n  the  text in  such  a  way that some or a l l  of thei r 
con ten t consti tu tes  requ irements  of th is  document.  For dated  references,  on l y the  ed i tion  
ci ted  appl i es.  For undated  references,  the  l atest ed i tion  of the  referenced  document ( i nclud ing  
any amendments)  appl i es.  

I EC 60050-1 61 ,  International Electrotechnical Vocabulary – Part 161: Electromagnetic 
compatibility (avai lable  at  <h ttp: //www.electroped ia. org/)  

I EC 61 000-4-2 : 2008,  Electromagnetic compatibility (EMC)  – Part 4-2: Testing and 
measurement techniques – Electrostatic discharge immunity test 

I EC 61 000-4-3: 2006,  Electromagnetic compatibility (EMC)  – Part 4-3: Testing and 
measurement techniques – Radiated,  radio-frequency,  electromagnetic field immunity test  
I EC 61 000-4-3: 2006/AMD1 :2007   
I EC 61 000-4-3: 2006/AMD2:201 0  

I EC 61 000-4-4: 201 2,  Electromagnetic compatibility (EMC)  – Part 4-4: Testing and 
measurement techniques – Electrical fast transient/burst immunity test 

I EC 61 000-4-5: 201 4,  Electromagnetic compatibility (EMC)  – Part 4-5: Testing and 
measurement techniques – Surge immunity test 

I EC 61 000-4-6: 201 3,  Electromagnetic compatibility (EMC)  – Part 4-6: Testing and 
measurement techniques – Immunity to conducted disturbances,  induced by radio-frequency 
fields 

http://www.electropedia.org/
http://www.electropedia.org/


I EC 61 326-3-1 : 201 7  © I EC 201 7  – 9  –  

I EC 61 000-4-8: 2009,  Electromagnetic compatibility (EMC)  – Part 4-8: Testing and 
measurement techniques – Power frequency magnetic field immunity test  

IEC 61 000-4-1 1 : 2004,  Electromagnetic compatibility (EMC)  – Part 4-11 : Testing and 
measurement techniques – Voltage dips,  short interruptions and voltage variations immunity 
tests 

IEC 61 000-4-1 6 :201 5,  Electromagnetic compatibility (EMC)  – Part 4-16: Testing and 
measurement techniques – Test for immunity to conducted,  common mode disturbances in  
the frequency range 0 Hz to 150 kHz   

I EC 61 000-4-29: 2000,  Electromagnetic compatibility (EMC)  – Part 4-29: Testing and 
measurement techniques – Voltage dips,  short interruptions and voltage variations on d. c.  
input power port immunity tests 

I EC 61 000-4-34: 2005,  Electromagnetic compatibility (EMC)  – Part 4-34: Testing and 
measurement techniques – Voltage dips,  short interruptions and voltage variations immunity 
tests for equipment with  input current more than  16 A  per phase   
I EC  61 000-4-34:2005/AMD1 :2009  

IEC 61 000-6-2 : 201 6,  Electromagnetic compatibility (EMC)  – Part 6-2: Generic standards – 
Immunity for industrial environments 

I EC 61 326-1 : 201 2,  Electrical equipment for measurement,  control and laboratory use – EMC 
requirements – Part 1 :  General requirements 

IEC 61 326-3-2 :___ 1 ,  Electrical equipment for measurement,  control and laboratory use  – 
EMC requirements – Part 3-2: Immunity requirements for safety-related systems and for 
equipment intended to  perform safety-related functions (functional safety)  – Industrial 
applications with  specified electromagnetic environment 

I EC 61 508-2: 201 0,  Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-
related systems – Part 2: Requirements for electrical/electronic/programmable electronic 
safety-related systems 

3 Terms,  defin i tions  and  abbreviations  

3. 1  Terms and  defin i tions  

For the  purposes  of th i s  document,  the  terms  and  defin i tions  g i ven  in  I EC 61 326-1  and  
IEC 60050-1 61  and  the  fol lowing  appl y.  

I SO  and  I EC main ta in  term inolog ical  databases  for use  i n  standard ization  at the  fol lowing  
addresses:  

•  I EC  E lectroped ia:  avai lab le  at  h ttp : //www.electroped ia.org /  

•  I SO  On l ine  browsing  p latform :  avai lable  at h ttp : //www. iso.org/obp  

NOTE  Other defi n i ti ons,  not  i ncl uded  i n  I EC 60050-1 61  and  i n  th i s  document,  bu t  nevertheless  necessary for the  
appl i cation  of the  d i fferent  tests,  are  g i ven  i n  the  EMC basic  publ i cations  of the  I EC 61 000  series .  

3. 1 . 1   
dangerous  fai lu re  
fai l ure  of an  e lement and /or subsystem  and/or system  that p lays  a  part i n  implementing  the  
safety function  that:  

_____________ 

1   Under preparati on .  S tage  at  the  time  of publ i cati on :  I EC/DIS  61 326-3-2 : 201 6.  

http://www.iso.org/obp
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a)  prevents  a  safety function  from  operating  when  requ i red  (demand  mode)  or causes  a  
safety function  to  fa i l  (con tinuous  mode)  such  that the  EUC is  pu t i n to  a  hazardous  or 
poten tia l l y hazardous  s tate;  or 

b)  decreases  the  probabi l i ty that the  safety function  operates  correctl y when  requ i red  

[SOURCE:  I EC 61 508-4: 201 0,  3 . 6. 7]  

3. 1 .2   
equ ipment 
subsystems,  apparatus,  appl iances  and  other assembl ies  of products  

3. 1 .3   
equ ipment  under control   
EUC  
equ ipment,  mach inery,  apparatus  or p lant used  for manufacturing ,  process,  transportation ,  
med ical  or other acti vi ties  

Note  1  to  en try:  The  EUC con trol  system  i s  separate  and  d i s ti nct  from  the  EUC.  

[SOURCE:  I EC 61 508-4: 201 0,  3 . 2. 1 ]  

3. 1 .4   
functional  safety 
part of the  overal l  safety re lating  to  the  EUC and  the  EUC control  system  that depends  on  the  
correct  function ing  of the  E/E/PE  safety-related  systems  and  other risk reduction  measures   

[SOURCE:  I EC 61 508-4: 201 0,  3 . 1 . 1 2 ]  

3. 1 .5   
harm  
physical  i n j ury or damage to  the  heal th  of people,  or damage to  property or the  envi ronment  

[SOURCE:  I SO/IEC Gu ide  51 : 201 4,  3 . 1 ,   mod i fi ed  – "physica l "  has  been  added ]  

3. 1 .6   
hazard  
poten tia l  source  of harm  

Note  1  to  en try:  The  term  i ncl udes  short-term  or immed iate  danger (such  as  from  fi re  or expl osion )  and  l ong -term  
effects  on  heal th  (such  as  from  release  of a  toxic  substance).  

[SOURCE:  I SO/IEC Gu ide  51 : 201 4,  3 . 2,  mod i fied   –  the  note  to  en try has  been  added ]  

3. 1 .7   
safe  fai lure  
fai l ure  of an  e lement and/or subsystem  and/or system  that  p l ays  a  part i n  implementing  the  
safety function  that:  

a)  resu l ts  in  the  spurious  operation  of the  safety function  to  pu t the  EUC (or part thereof)  i n to  
a  safe  state  or main ta in  a  safe  state;  or 

b)  i ncreases  the  probabi l i ty of the  spurious  operation  of the  safety function  to  pu t the  EUC (or 
part thereof)  in to  a  safe  s tate  or main tain  a  safe  state  

[SOURCE:  I EC 61 508-4: 201 0,  3 . 6. 8]  



I EC 61 326-3-1 : 201 7  © I EC 201 7  – 1 1  –  

3. 1 .8   
safety function  
function  to  be  implemented  by an  E/E/PE  safety-related  system  or other risk reduction  
measures,  that i s  i n tended  to  ach ieve  or main ta in  a  safe  s tate  for the  EUC,  i n  respect of a  
speci fic hazardous  event  

EXAMPLE  Examples  of safety functions  i ncl ude:  

–  functions  that  are  requ i red  to  be  carried  ou t  as  posi ti ve  acti ons  to  avoi d  hazardous  s i tuations  (for example  
swi tch i ng  off a  motor);  and  

–  functions  that  prevent  actions  being  taken  (for example  preventi ng  a  motor starti ng ).  

[SOURCE:  I EC 61 508-4: 201 0,  3 . 5. 1 ]  

3. 1 .9   
programmable  electron ic  
PE  
based  on  computer technology wh ich  may be  comprised  of hardware,  software  and  of i npu t 
and /or ou tput  un i ts  

EXAMPLE  The  fol l owi ng  are  a l l  prog rammable  e l ectron ic d evices:  

– m icroprocessors;  

– m icro-control l ers;  

– programmable  control l ers;  

– appl i cation  speci fi c  i n teg rated  ci rcu i ts  (ASICs);  

– programmable  l og ic  con trol l ers  (PLCs);  

– other computer-based  devices  (for example,  smart  sensors,  transm i tters,  actuators).  

Note  1  to  en try:  Th i s  term  covers  m icroelectron ic devices  based  on  one  or more  central  processing  un i ts  (CPUs)  
together wi th  associated  memories,  etc.  

[SOURCE:  I EC 61 508-4: 201 0,  3 . 2. 1 2 ]  

3. 1 . 1 0   
electrical /electron ic/programmable  electronic   
E/E/PE  
based  on  e lectrica l  (E)  and /or e lectron ic  (E)  and /or programmable  e lectron ic (PE)  technology 

EXAMPLE  E lectri cal /el ectron i c/prog rammable  e l ectron ic d evices  i ncl ude  

– e l ectro-mechan ica l  devi ces  (e l ectri cal ) ;  

– sol i d -state  non-programmable  e l ectron ic devices  (electron ic);  

– e l ectron ic  devices  based  on  computer technology (programmable  e l ectron i c);   see  3 . 2 . 5   
(of I EC 61 326-1 : 201 2).  

Note  1  to  en try:  The  term  i s  i n tended  to  cover any and  a l l  d evices  or systems  operati ng  on  e l ectri cal  pri ncip les .  

[SOURCE:  I EC 61 508-4: 201 0,  3 . 2. 1 3 ,  mod i fied  – the  reference  in  the  l ast  dash  is  mod i fied ]  

3. 1 . 1 1   
DC  d istribution  network 
l ocal  DC e lectrici ty supply network i n  the  i n frastructure  of a  certa in  s i te  or bu i l d ing  i n tended  
for connection  of any type  of equ ipment  

Note  1  to  en try:  Connecti on  to  a  l ocal  or remote  battery i s  not  regarded  as  a  DC  d i stri bu ti on  network i f such  a  l i nk 
comprises  the  power suppl y for on l y a  s i ng l e  p i ece  of equ i pment.  

3. 1 . 1 2   
safety-related  system   
designated  system  that both  
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•  implements  the  requ ired  safety functions  necessary to  ach ieve  or main ta in  a  safe  state  for 
the  EUC;  and  

•  i s  i n tended  to  ach ieve,  on  i ts  own  or wi th  other E/E/PE  safety-re lated  systems  and  other 
risk reduction  measures,  the  necessary safety i n tegri ty for the  requ ired  safety functions  

Note  1  to  en try:  A safety-re lated  system  i ncl udes  a l l  the  hardware,  software  and  supporti ng  services  (for example,  
power suppl i es)  necessary to  carry ou t  the  speci fi ed  safety function  (sensors,  other i npu t  devices,  fi na l  e l ements  
(actuators)  and  other ou tpu t d evices  are  therefore  i ncl uded  i n  the  safety-related  system).  

[SOURCE:  I EC 61 508-4: 201 0,  3 . 4. 1 ,  mod i fied  – notes  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5  and  7  have  been  removed ]  

3. 1 . 1 3   
equ ipment  under test  
EUT  
the  equ ipment (devices,  appl iances  and  systems)  subj ected  to  immun i ty tests  

3. 1 . 1 4   
auxi l iary equ ipment   
AE  
equ ipment necessary to  provide  the  equ ipment under test (EUT)  wi th  the  s i gnals  requ ired  for 
normal  operation  and  equ ipment to  veri fy the  performance of the  EUT  

3. 1 . 1 5   
system  safety requ irements  specification   
SSRS  
speci fication  con tain ing  the  requ i rements  for the  safety functions  and  thei r associated  safety 
i n tegri ty l evels  

3. 1 . 1 6   
safety in tegri ty l evel   
SIL  
d iscrete  level  (one  ou t of a  poss ib le  four) ,  correspond ing  to  a  range  of safety i n tegri ty va lues,  
where  safety i n tegri ty l evel  4  has  the  h i ghest l evel  of safety i n tegri ty and  safety i n tegri ty 
l evel  1  has  the  lowest  

Note  1  to  en try:  The  target  fa i l u re  measures  for the  four safety i n teg ri ty l evel s  are  speci fi ed  i n  Tables  2  and  3  of 
I EC 61 508-1 : 201 0.  

Note  2  to  en try:  Safety i n teg ri ty l evel s  are  used  for speci fying  the  safety i n teg ri ty  requ i rements  of the  safety 
functions  to  be  a l l ocated  to  the  E/E/PE  safety-rel ated  systems.  

Note  3  to  en try:  A  safety  i n tegri ty l evel  (S I L)  i s  not  a  property of a  system ,  subsystem ,  e l ement  or component.  
The  correct i n terpretation  of the  ph rase  “S I L  n  safety-rel ated  system”  (where  n  i s  1 ,  2 ,  3  or 4)  i s  that  the  system  i s  
potential l y capabl e  of supporti ng  safety functions  wi th  a  safety i n tegri ty l eve l  up  to  n .  

[SOURCE:  I EC  61 508-4: 201 0,  3. 5. 8,  mod i fied  – the  reference  to  3 . 5. 1 7  of I EC  61 508-1  has  
been  removed  and  i ts  date  of publ ication  added ]  

3.2  Abbreviations  

AE  auxi l i ary equ ipment  

DS  defined  s tate  

E/E/PE  e lectrica l /e lectron ic/programmable  e lectron ic  

EUC  equ ipment under con trol  

EUT equ ipment under test  

I SM  i ndustria l ,  scien ti fic  and  med ica l  

PE  protecti ve  earth  

SI L  safety i n tegri ty l evel  

SSRS  system  safety requ irements  speci fication  
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4 General   

I n  add i ti on  to  the  requ i rements  i n  I EC 61 326-1 ,  th is  standard  speci fies  requ i rements  for 
systems  and  equ ipment for i ndustria l  appl ications  i n tended  to  perform  safety functions  
accord ing  to  I EC 61 508.  These  requ i rements  do  not appl y to  the  non-safety-related  functions  
of the  equ ipment or systems.   

NOTE  The  overa l l  des i gn  process  and  the  necessary design  featu res  to  ach i eve  functional  safety of e l ectri cal  and  
e l ectron ic systems  are  defi ned  i n  I EC 61 508.  Th i s  i ncl udes  requ i rements  for design  features  that  make  the  system  
tolerant  ( I EC 61 508-2: 201 0,  7 . 4 . 7 . 1 )  of e l ectromagneti c  d i sturbances.   

The immun i ty requ irements  i n  I EC  61 326-1  have  been  selected  to  ensure  an  adequate  l evel  of 
immun i ty for equ ipment used  i n  non-safety-related  appl ications,  bu t the  requ i red  immun i ty  
l evels  do  not cover extreme cases  that may occur at any location  bu t wi th  an  extremely l ow 
probabi l i ty of occurrence.   

I ncreased  immun i ty test l evels  compared  to  I EC  61 326-1  are  defined  as  a  systematic measure  
i n tended  to  avoid  dangerous  fai l u res  caused  by e lectromagnetic phenomena.  Consequentl y,  i t  
i s  not necessary to  take  in to  accoun t the  effect of e l ectromagnetic  phenomena in  the  
quanti fication  of hardware  safety i n tegri ty,  for example,  probabi l i ty of fai l u re  on  demand .  
I ncreased  immun i ty test l evels  are  defined  where  necessary.   

I ncreased  immun i ty test  levels  are  re lated  to  functional  safety aspects  on l y;  they are  not  
appl icable  for the  assessment of re l i ab i l i ty and  avai l abi l i ty aspects .  The  i ncreased  immun i ty 
test l evels  appl y on l y to  the  safety-re lated  functions  having  a  speci fic performance  cri terion  
for functional  safety (performance  cri terion  DS).  The  i ncreased  immun i ty test l evels  set the  
l im i ts  for the  maximum  test va lues.  Further tests  wi th  h igher va lues  are  not requ i red  for 
compl iance  wi th  th is  standard .   

5 EMC test plan  

5.1  General  

An  EMC test p lan  shal l  be  establ ished  prior to  testing .  I t  shal l  conta in  as  a  m in imum  the  
e lements  g i ven  in  5 . 2  to  5. 6.  

I f any tests  are  deemed  unnecessary to  prove  compl iance  wi th  th is  standard ,  the  rationale  for 
not perform ing  those  tests  shal l  be  documented  i n  the  EMC test p l an .   

5.2  Instruction  for testing  

The instructions  for testing  immun i ty i n  case  of safety-functions  shal l  be  detai l ed  and  
unambiguous.  Hence  a l l  re levan t detai ls  when  perform ing  such  a  series  of immun i ty tests  
shal l  be  described  i n  the  test p lan .  Such  a  test p lan  shal l  con tain  at  least i n formation  about  

•  i nput  and  output  ports  re levant for immun i ty testi ng ,  

•  configuration  of the  EUT i nclud ing  any necessary auxi l i ary and  mon i toring  equ ipment,  

•  operation  mode  of safety functions ,  

•  l eve ls  for the  immun i ty test,  

•  speci fied  performance  cri teria  i nclud ing  the  defined  s tate(s) ,  

•  mon i toring  of the  behaviour of the  EUT,  

•  assessment of the  reaction  of the  EUT against  the  manufacturers ’  speci fi ed  performance 
cri teria.  
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5.3  Configuration  of EUT during  testing  

5.3. 1  General  

Measurement,  con trol  and  l aboratory equ ipment often  cons ists  of systems wi th  no  fixed  
configuration .  The  ki nd ,  number and  i nsta l lation  of d i fferen t subassembl ies  wi th in  the  equ ip-
ment may vary from  system  to  system .  

To  s imu late  EMC cond i tions  real istical l y,  the  equ ipment assembly shal l  represent a  typical  
i nsta l l ation  as  speci fied  by the  manufacturer.  EMC tests  shal l  be  carried  ou t as  type  tests  
under normal  cond i tions  as  speci fied  by the  manufacturer.  

I n  some cases  auxi l i ary set-ups  are  necessary to  mon i tor the  proper operation  of the  safety 
function  when  e lectromagnetic  d is turbances  act  on  the  EUT.  

5.3.2  Composition  of EUT 

Al l  devices,  racks,  modu les,  boards,  etc.  wh ich  are  poten tia l l y re levant to  EMC and  be long ing  
to  the  EUT shal l  be  documented .  The  rationale  for the  composi tion  of the  EUT se lected  for 
testing  shal l  be  documented  i n  the  EMC test p l an .  

5.3.3  Assembly of EUT 

I f an  EUT has  a  variety of i n ternal  or external  configurations,  the  type  tests  shal l  be  made wi th  
the  most susceptib le  configuration ,  as  expected  by the  manufacturer.  Al l  types  of modu les  
shal l  be  tested  at  l east  once.  The  rationale  for th i s  selection  shal l  be  documented  i n  the  EMC  
test p l an .  The  poss ib i l i ty of any e lectromagnetic i n teractions  between  i tems of equ ipment shal l  
be  taken  in to  account when  bu i l d ing  up  the  most  susceptib le  configuration .  The  rationale  for 
the  assembly selected  for testi ng  shal l  be  documented  i n  the  EMC test p lan .  

5.3.4  I /O  ports  

Where there  are  mu l ti p le  I /O  ports  a l l  of the  same type  and  function ,  connecting  a  cable  to  
j ust one  of those  ports  i s  sufficient,  provided  that i t  can  be  shown  that the  add i tional  cables  
wou ld  not affect the  resu l ts  s ign i ficantl y.  The  rationale  for th is  selection  shal l  be  documented  
i n  the  EMC test p lan .  

5.3.5  Auxi l i ary equ ipment (AE)  

When  a  variety of i tems  of AE  i s  provided  for use  wi th  the  EUT,  at l east one  of each  type  of 
i tem  of AE  shal l  be  selected  to  s imu late  actual  operati ng  cond i ti ons.  AE  may be  s imu lated .  
Any software  used  by AE  shal l  be  documented  sufficientl y to  a l l ow repeating  the  test.  

I t  i s  strong l y recommended  that the  AE  used  i s  not  susceptib le  to  e lectromagnetic  
d isturbances,  such  as  for example  mechan ical  equ ipment,  to  ease  detection  and  assessment 
of the  reaction  of the  EUT.  

5.3.6  Cabl ing  and  earth ing  (grounding)  

The cables  and  earth  (ground)  shal l  be  connected  to  the  EUT i n  accordance wi th  the  
manufacturer's  speci fications.  There  shal l  be  no  add i tional  earth  connections.  

5.4 Operation  cond itions  of EUT during  testing  

5.4. 1  Operation  modes  

A selection  of representative  operation  modes  shal l  be  made,  taking  i n to  account  that  not a l l  
functions,  bu t on l y the  most typ ical  functions  of the  equ ipment can  be  tested .  The  estimated  
worst-case  operati ng  modes  wi th in  the  speci fi cation  of the  equ ipment for the  i n tended  
appl ication  shal l  be  selected .  
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NOTE  Worst-case  operati ng  mode  i s  for example  the  most susceptible  mode  of operati on .  

5.4.2  Environmental  cond itions  

The tests  shal l  be  carried  ou t wi th in  the  manufacturer’s  speci fi ed  envi ronmental  operating  
range  (for example,  ambient  temperature,  hum id i ty,  atmospheric pressure),  and  wi th in  the  
rated  ranges  of suppl y vol tage  and  frequency,  except where  the  test requ i rements  state  
otherwise.  

5.4.3  EUT software  during  test  

The software  used  for exercis ing  the  selected  modes  of operation  shal l  be  documented  
sufficientl y to  a l low repeating  the  test.  

5.5  Specification  of performance cri teria  

Performance cri teria  for each  port and  test shal l  be  speci fied ,  where  poss ible ,  as  quan ti tati ve  
values.  

5.6  Test description  

Each  test to  be  appl ied  shal l  be  speci fied  in  the  EMC test p lan .  The  description  of the  tests,  
the  test methods,  the  characteristics  of the  tests,  and  the  test set-ups  are  g i ven  i n  the  bas ic  
standards,  wh ich  are  referred  to  in  Table  1 .  The  con ten ts  of these  basic standards  need  not  
be  reproduced  in  the  test pl an ;  however,  add i tional  i n formation  needed  for the  practica l  
implementation  of the  tests  i s  g i ven  i n  th is  s tandard .  I n  some cases,  the  EMC test p l an  shal l  
speci fy the  appl ication  i n  detai l .   

NOTE  Not a l l  known  d i stu rbance  phenomena  have  been  speci fi ed  for testi ng  pu rposes  i n  th i s  s tandard ,  bu t  on l y  
those  wh ich  are  cons i dered  as  cri ti cal .  For fu rther i n formation ,  see  Annex B .  

6 Performance cri teria  

6.1  Performance  cri terion  DS  

Performance cri teria  are  used  to  describe  and  to  assess  the  reaction  of the  equ ipment under 
test when  being  exposed  to  electromagnetic  phenomena.  Wi th  regard  to  functional  safety 
purposes,  a  particu lar performance cri terion  DS  shal l  be  appl ied .  Performance cri terion  DS  is  
as  fo l l ows.  

a)  The  functions  of the  EUT i n tended  for use  i n  safety appl ications  

1 )  are  not affected  ou ts ide  thei r speci fication ,  or  

2 )  may be  affected  temporari l y or permanen tl y (even  by destruction  of components),  i f the  
EUT reacts  to  a  d isturbance  i n  a  way that a  detectab le  and  defined  state(s)  of the  EUT 
is  (are)  

i )  main tained ,  or 

i i )  ach ieved  wi th in  a  s tated  time.  

b)  The  functions  not i n tended  for use  i n  safety appl i cations  may be  d isturbed  temporari l y or 
permanentl y.  

NOTE  1  I t  i s  possib le  for the  defi ned  state  to  be  ou ts i de  normal  operati ng  l im i ts .  

NOTE  2  Ed i ti on  1  of th i s  s tandard  used  the  abbreviati on  FS  for that  performance  cri terion .  Accord i ng  to  the  bas ic 
standard  I EC 61 000-1 -2  and  generi c  standard  I EC 61 000-6-7,  the  abbrevi ation  DS  i s  used  now wi thout  havi ng  
changed  the  techn ical  con ten t.  



 – 1 6  – I EC 61 326-3-1 : 201 7  © I EC 201 7  

6.2  Appl ication  of the  performance  cri terion  DS  

The performance cri terion  DS  i s  appl icable  on l y for functions  of the  EUT in tended  for safety 
appl ications.  I t  i s  re levant for any phenomenon .  There  i s  no  d i fferentiation  requ ired  between  
con tinuous  and  trans ient  e lectromagnetic  phenomena.  

Equ ipment perform ing  or i n tended  to  perform  functions  i n tended  for safety appl ications  or 
parts  of such  functions  shal l  behave  in  a  speci fi ed  manner as  defined  by performance  
cri terion  DS.  The  speci fi ed  behaviour of a  safety-related  system  is  in tended  to  ach ieve  or 
main ta in  safe  cond i tions  of the  equ ipment and  the  related  equ ipment under control .  To  
ach ieve  th is ,  safety functions  shal l  be  checked  before,  d uring  and  after the  immun i ty test.  

Where  an  i tem  of equ ipment or a  system  performs  both  functions  in tended  for safety 
appl ications  and  functions  not i n tended  for safety appl ications ,  the  requ i rements  for functional  
safety apply i n  context  wi th  the  functions  i n tended  for safety appl ications  on l y.  

The  necessi ty to  assess  safety functions  accord ing  to  the  performance cri terion  DS  ca l l s  for a  
precise  mon i toring  of the  techn ical  state  of the  EUT.  To  that end ,  performance cri terion  DS  
shal l  be  s tated  unambiguous l y.  I n  many cases,  speci fic auxi l i ary equ ipment wi l l  be  necessary 
to  unambiguous l y i den ti fy and  mon i tor the  correct operation  of the  safety function  under 
cons ideration .  I t  shal l  be  ensured  that such  auxi l i ary equ ipment does  not affect the  behaviour 
of the  EUT during  immun i ty tests .   

6.3  Aspects  to  be  considered  during  appl ication  of performance  cri terion  DS  

I f an  EUT reacts  to  a  d i sturbance by going  to  the  defined  state,  i t  shal l  be  veri fi ed  that th is  
ach ievement of the  defined  s tate  i s  not on l y an  occasional  resu l t,  bu t that th is  behaviour is  
reproducib le.  To  veri fy the  reproducib i l i ty,  the  ru les  defined  i n  Table  1  shal l  be  appl i ed  on  the  
appl ication  of performance  cri terion  DS.  

Table  1  – Reaction  of EUT during  test  

Test  Reaction  of EUT during  test  How to  continue wi th  testing  

Trans i ent  a  The  EUT goes  to  a  defi ned  state  and  
an  i n teracti on  of the  user i s  needed  to  
con ti nue  operation .  

The  EUT sha l l  be  brought  back to  normal  operation  
and  the  test  shal l  be  repeated  3  t imes  wi th  th i s  test  
l evel  and  polari ty and  the  EUT shal l  react  i n  a  way 
that  compl ies  wi th  performance  cri teri on  DS  each  
time.  I n  th i s  case,  the  test  shal l  be  conti nued  wi th  the  
next test  l eve l  or pol ari ty accord ing  to  the  basic  
standard .  

The  EUT goes  to  a  defi ned  state  and  
i s  permanentl y d amaged .  

The  EUT sha l l  be  replaced  or repai red  and  the  test  
shal l  be  repeated  3  t imes  wi th  th i s  test  l evel  and  
polari ty and  the  EUT shal l  react  i n  a  way that  
compl i es  wi th  performance  cri teri on  DS  each  time.  I n  
th i s  case,  the  test  shal l  be  con ti nued  wi th  the  next 
test  l evel  or polari ty accord i ng  to  the  basic  standard .  

Con ti nuous  b  The  EUT goes  to  a  defi ned  state  at  a  
certa in  test  frequency as  described  
under a )  2 )  i n  6 . 1 .  

 

The  EUT sha l l  be  re-tested  3  t imes  at  that  frequency 
and  the  EUT shal l  react  i n  a  way that  compl ies  wi th  
performance  cri teri on  DS  each  time.   

I f the  EUT reacts  each  time  i n  the  same  way,  the  
subsequent frequenci es  may be  tested  on ly one  time  
per frequency.  

a  Tests  accord ing  I EC 61 000-4-2 ,  I EC 61 000-4-4,  I EC 61 000-4-5,  I EC 61 000-4-1 1 ,  I EC 61 000-4-29,   
I EC  61 000-4-34.  

b  Tests  accord ing  I EC 61 000-4-3 ,  I EC 61 000-4-6,  I EC 61 000-4-8,  I EC 61 000-4-1 6.  
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7 Immunity requirements   

Table  2  to  Table  7  g i ve  immun i ty test requ irements  add i tional  to  those  g i ven  i n  I EC 61 326-1 .  
Table  1 0  g i ves  an  overview of the  a l l owed  effects  of e l ectromagnetic d isturbances  on  
functions  i n tended  for safety appl ications  and  functions  not i n tended  for safety appl ications .  

NOTE  Some of the  test  val ues  i n  Table  2  to  Tabl e  7  are  l ess  s tri ngent  than  the  val ues  g i ven  i n  the  generic  EMC 
standard  I EC 61 000-6-7.  Accord ing  to  I EC Gu ide  1 07,  where  a  product  fam i l y/product  EMC standard  speci fi es  l ess  
stri ngen t test  val ues/l evel s  for a  phenomenon  or i f a  phenomenon  i s  on l y parti a l l y covered  (e. g .  the  product  
fam i l y/product EMC standard  on ly  covers  a  subset  of the  recommended  frequency range),  e i ther a  j usti fi cation  or a  
reference  to  the  re levant requ i rement i n  another EMC standard  sha l l  be  g i ven  i n  the  product  fam i l y/product  EMC 
standard .  Such  a  reference  can  be  made  to  I EC  61 326-3-1 : 2008  from  wh ich  the  requ i rements  i n  th i s  s tandard  were  
deri ved  and  wh ich  requ i rements  have  been  proven  i n  practi ce .   

Some of the  e lectromagnetic phenomena l isted  in  Table  1  may re late  to  an  operating  s tate  of 
equ ipment i n  a  statistical  way on l y,  for example,  the  i nstant of an  impu lse  wi th  respect to  the  
momentary state  of a  d i g i ta l  ci rcu i t  or a  d ig i ta l  s ignal  transm ission .  I n  order to  i ncrease  the  
l evel  of confidence  for safety-related  systems and  equ ipment i n tended  for h i gher SI L  
regard ing  immun i ty against e l ectromagnetic d isturbances,  i t  i s  requ i red  to  perform  immun i ty 
tests  against such  e lectromagnetic  phenomena wi th  a  l arger number of impu lses  compared  to  
the  test performance requ i rements  of the  correspond ing  bas ic EMC standards.  Th is  can  be  
done  by us ing  a  l onger test time or by appl ying  more  test impu l ses  (see  text  i n  Table  1 ) .  

Table  2  – Immuni ty test  requ i rements  – Enclosure  port  

 Phenomenon  Basi c  standard  Tests  for functions  i n tended  for safety appl ications   
Test value  – Performance cri terion  

1 . 1  

 

E l ectrostati c  d i scharge  
(ESD)  

I EC 61 000-4-2  ±  6  kV con tact  d i scharge  a ,  b  

±  8  kV a i r d i scharge  a ,  b  

DS  

1 . 2  E lectromagneti c  fi e l d  

 

I EC  61 000-4-3  20  V/m  (80  MHz to  1  GHz,  1  kHz (80  %  AM))  c  
1 0  V/m  (1 , 4  GHz to  2  GHz,  1  kHz (80  %  AM))  c  
3  V/m  (2 , 0  GHz to  6 , 0  GHz,  1  kHz (80  %  AM))  c  

DS  

1 . 3  Rated  power frequency 
magneti c  fi e l d  

I EC 61 000-4-8  30  A/m  d   DS  

a  These  val ues  shal l  be  appl i ed  i n  accordance  wi th  the  envi ronmental  cond i ti ons  descri bed  i n  I EC 61 000-4-2  on  
parts  wh ich  may be  accessib le  by  persons  other than  staff working  i n  accordance  wi th  d efi ned  procedures  for 
the  control  of ESD bu t  not  to  equ ipment where  access  i s  l im i ted  to  appropriatel y tra i ned  personnel  on l y.  

b  For equ ipment i n tended  to  be  used  i n  S I L  3  appl i cati ons,  the  number of d i scharges  at  the  h i ghest l eve l  sha l l  
be  i ncreased  by a  factor of 3  compared  to  the  number as  g i ven  i n  the  basic standard .  

c  These  test  va l ues  shal l  be  appl i ed  i n  frequency ranges  as  g i ven  i n  Table  8.  I SM  frequencies  shal l  be  taken  
i n to  account  on  an  i n d i vi dual  bas i s .  

d  Appl i cab le  on ly to  equ ipment  contai n i ng  devices  susceptib le  to  magneti c  fi e l ds.  
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Table  3  – Immuni ty test  requ irements  – Input  and  ou tput  AC  power ports  

 Phenomenon  Basi c  standard  Tests  for functions  i n tended  for safety appl ications   
Test value  – Performance  cri terion  

2. 1  Burst  I EC 61 000-4-4  3  kV (5/50  ns ,  5  kHz)  a  DS  

2 . 2  Surge  I EC 61 000-4-5  2  kV ( l i ne  to  l i ne)  b,  c  

4  kV ( l i ne  to  g round)  b ,  c  

DS  

2 . 3  Conducted  RF  I EC 61 000-4-6  1 0  V (1 50  kHz to  80  MHz,  1  kHz (80  %  AM))  d  DS  

2 . 4  Vol tage  d ips  I EC 61 000-4-1 1  

or 

I EC 61 000-4-34  

0  %  duri ng  1  cycle  

40  %  du ri ng  1 0/1 2  cycles  e  

70  %  du ri ng  25/30  cycles  e  

 

DS  
DS  
DS  

2 . 5  Short  i n terruptions  I EC 61 000-4-1 1  

or 

I EC 61 000-4-34  

0  %  duri ng  250/300  cycl es   e  

 

DS  

2 . 6  Conducted  common-  
mode  vol tage  

I EC 61 000-4-1 6   1  V to  1 0  V,  20  dB/Decade  (1 , 5  kHz to  1 5  kHz)  
1 0  V (1 5  kHz to  1 50  kHz)  

DS  

a   For equ ipment  i n tended  to  be  used  i n  S I L  3  appl i cations,  the  du ration  of the  test  at  the  h i ghest l evel  shal l  be  
i ncreased  by a  factor of 5  compared  to  the  d u rati on  as  g i ven  i n  the  basic  s tandard .  

b  For equ ipment i n tended  to  be  used  i n  S I L  3  app l i cations,  the  number of pu l ses  at  the  h i ghest l evel  shal l  be  
i ncreased  by a  factor of 3  compared  to  the  number as  g i ven  i n  the  bas ic s tandard .  

c   The  requ i red  immun i ty l evel  can  be  ach ieved  through  the  use  of external  protection  devices.  Any devices  used  
and  thei r i nstal l ati on  requ i rements  shal l  be  speci fi ed  i n  the  user documentati on .  

d  These   test  va l ues  shal l  be  appl i ed  i n  frequency ranges  as  g i ven  i n  Table  9 .  I SM  frequencies  have  to  be  taken  
i n to  account  on  an  i n d i vi dual  basi s .  

e  “ 1 0/1 2  cycles”  means  “1 0  cycl es  for 50  Hz  test”  and  “1 2  cycles  for 60  Hz  test”  (and  s im i l arl y  for 25/30  cycles  
and  250/300  cycles).   

 



I EC 61 326-3-1 : 201 7  © I EC 201 7  – 1 9  –  

Table  4 – Immuni ty test  requ irements  – Input  and  ou tput  DC  power ports  

 Phenomenon  Basi c  standard  Tests  for functions  i n tended  for safety appl ications   
Test value  – Performance  cri terion  

3. 1  Burst  I EC 61 000-4-4  3  kV (5/50  ns ,  5  kHz)  a  DS  

3 . 2  Surge  I EC 61 000-4-5  1  kV ( l i ne  to  l i ne)  b,  c  

2  kV ( l i ne  to  g round)   b ,  c  

DS  

3. 3  Conducted  RF  I EC 61 000-4-6  1 0  V (1 50  kHz to  80  MHz,  1  kHz (80  %  AM))  d  DS  

3. 4  Conducted  common  
mode  vol tage  

I EC 61 000-4-1 6   1  V  to  1 0  V,  20  dB/Decade  (1 , 5  kHz to  1 5  kHz)  

1 0  V (1 5  kHz to  1 50  kHz)  

1 0  V (DC,  1 6  2 /3  Hz,  50/60  Hz and  1 50/1 80  Hz)   

1 00  V short  du rati on  (1  s ,  DC,  1 6  2 /3  Hz and  50/60  Hz)  

DS  

3. 5  Vol tage  d ips  I EC 61 000-4-29  40  %  UT  for 1 0  ms  DS  

3 . 6  Short  i n terruptions  I EC 61 000-4-29  0  %  UT  for 20  ms  DS  

DC connections  between  parts  of equ i pment/system  wh ich  are  not  connected  to  a  DC d i stri bu tion  network  are  
treated  as  I /O  s i gnal /con trol  ports  (see  Tables  5  and  6).  

a  For equ ipment  i n tended  to  be  used  i n  S I L  3  appl i cations,  the  du ration  of the  test  at  the  h i ghest l evel  shal l  be  
i ncreased  by a  factor of 5  compared  to  the  d u rati on  as  g i ven  i n  the  bas ic s tandard .  

b  For equ ipment i n tended  to  be  used  i n  S I L  3  app l i cations,  the  number of pu l ses  at  the  h i ghest l evel  shal l  be  
i ncreased  by a  factor of 3  compared  to  the  number as  g i ven  i n  the  basic  s tandard .  

c  The  requ i red  immun i ty l evel  can  be  ach ieved  through  the  use  of external  protection  devices.  Any devices  used  
and  thei r i nstal l ati on  requ i rements  shal l  be  speci fi ed  i n  the  user documentati on .  

d  These  test  va l ues  sha l l  be  appl i ed  i n  frequency ranges  as  g i ven  i n  Table  9  used  for mobi l e  transm i tters  i n  
general .  I SM  frequenci es  shal l  be  taken  i n to  account  on  an  i n d ivi dual  basi s .  

 

Table  5  – Immuni ty test  requ i rements  – I /O  s ignal /control  ports  

 Phenomenon  Basi c  standard  
Tests  for functions  i n tended  for safety appl ications   

Test value  – Performance  cri terion  

4. 1  Burst  I EC 61 000-4-4  2  kV (5/50  ns ,  5  kHz)  a ,  b  DS  

4 . 2  Surge  I EC 61 000-4-5  2  kV ( l i ne  to  g round)  c ,  d ,  e   DS  

4 . 3  Conducted  RF  I EC 61 000-4-6  1 0  V (1 50  kHz to  80  MHz,  1  kHz (80  %  AM)) f  DS  

4 . 4  Conducted  common  
mode  vol tage  c  ,  g  

I EC  61 000-4-1 6   1  V  to  1 0   V,  20  dB/Decade  (1 , 5  kHz to  1 5  kHz)  

1 0  V (1 5  kHz to  1 50  kHz)  

1 0  V (DC,  1 6  2/3  Hz,  50/60  H z and  1 50/1 80  Hz)   

1 00  V short  du rati on  (1  s ,  DC,  1 6  2 /3  Hz and  50/60  H z)  

DS  

a  On ly i n  case  of l i nes  >  3  m .  

b  For equ ipment  i n tended  to  be  used  i n  S I L  3  appl i cations,  the  du ration  of the  test  at  the  h i ghest l evel  shal l  be  
i ncreased  by a  factor of 5  compared  to  the  d u rati on  as  g i ven  i n  the  bas ic s tandard .  

c  On ly i n  case  of l ong -d i stance  l i nes  (see  3 . 1 0  of I EC 61 326-1 : 201 2).  

d  For equ ipment i n tended  to  be  used  i n  S I L  3  app l i cations,  the  number of pu l ses  at  the  h i ghest l evel  shal l  be  
i ncreased  by a  factor of 3  compared  to  the  number as  g i ven  i n  the  bas ic s tandard .  

e  The  requ i red  immun i ty l evel  can  be  ach ieved  th rough  the  use  of external  protection  devices.  Any devices  used  
and  thei r i nsta l l ati on  requ i rements  shal l  be  speci fi ed  i n  the  user documentation .  

f  These  test  val ues  shal l  be  appl i ed  i n  frequency ranges  as  g i ven  i n  Table  9  used  for mobi l e  transm i tters  i n  
general .  I SM  frequenci es  shal l  be  taken  i n to  account  on  an  i n d ivi dual  bas i s .  

g  On ly i n  case  of earthed  systems  or equ ipment,  respecti vely.   
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Table  6  – Immuni ty test  requ irements  – I /O  s ignal /control  ports  
connected  d i rect  to  power supply networks  

 Phenomenon  Basi c  standard  
Tests  for functions  i n tended  for safety appl ications   

Test value  – Performance  cri terion  

5. 1  Burst  I EC 61 000-4-4  3  kV (5/50  ns ,  5  kHz)  a  DS  

5. 2  Surge  I EC 61 000-4-5  2  kV ( l i ne  to  l i ne)  b,  c,  d   

4  kV ( l i ne  to  g round)   b ,  c ,  d   

DS  

5. 3  Conducted  RF  I EC 61 000-4-6  1 0  V (1 50  kHz to  80  MHz,  1  kHz (80  %  AM))  e  DS  

5. 4  Conducted  common   
mode  vol tage  

I EC 61 000-4-1 6   1  V  to  1 0   V,  20  dB/Decade  (1 , 5  kHz to  1 5  kHz)  

1 0  V (1 5  kHz to  1 50  kHz)  

1 0  V (DC,  1 6  2 /3  Hz,  50/60  Hz and  1 50/1 80  Hz)   

1 00  V short  du rati on  (1  s ,  DC,  1 6  2 /3  Hz and  50/60  Hz)  

DS  

a  For equ ipment  i n tended  to  be  used  i n  S I L  3  appl i cations,  the  du ration  of the  test  at  the  h i ghest l evel  shal l  be  
i ncreased  by a  factor of 5  compared  to  the  d u rati on  as  g i ven  i n  the  bas ic standard .  

b  For equ ipment i n tended  to  be  used  i n  S I L  3  app l i cations,  the  number of pu l ses  at  the  h i ghest l evel  shal l  be  
i ncreased  by a  factor of 3  compared  to  the  number as  g i ven  i n  the  bas ic s tandard .  

c  The  requ i red  immun i ty l evel  can  be  ach ieved  through  the  use  of external  protection  devices.  Any devices  used  
and  thei r i nstal l ati on  requ i rements  shal l  be  speci fi ed  i n  the  user documentati on .  

d  The  coupl i ng  network AC/DC power l i nes  shal l  be  used .  

e  These  test  va l ues  shal l  be  appl i ed  i n  frequency ranges  as  g i ven  i n  Table  9  used  for mobi l e  transm i tters  i n  
general .  I SM  frequenci es  shal l  be  taken  i n to  account on  an  i n d ivi dual  basi s .  

 

Table  7  – Immuni ty test  requ i rements  – Functional  earth  port  

 Phenomenon  
Basi c 

standard  
Tests  for functions  i n tended  for safety appl ications   

Test value  – Performance  cri terion  

6. 1  Burst  I EC 61 000-4-4  2  kV (5/50  ns ,  5  kHz)a  DS  

a  For equ ipment  i n tended  to  be  used  i n  S I L  3  appl i cations,  the  du ration  of the  test  at  the  h i ghest l evel  shal l  be  
i ncreased  by a  factor of 5  compared  to  the  du rati on  as  g i ven  i n  the  basic standard .  
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Table  8  – Frequency ranges  of mobi le  transmitters  
and  ISM  equ ipment for tests  wi th  electromagnetic fields  

Test 
frequency 

For i n formation  on l y 
 

Test 
frequency 

For i n formation  on l y 

range  Frequency range    
 

range  Frequency range    

MHz MHz Service  
 

MHz MHz Service  

84, 000  83, 996  – 84, 004  I SM  
 

1  428  – 2  700  1  476  – 1  51 1  3 . 9G/LTE  

    ISM (UK only)  
 

continued 1  525  – 1  559    

1 37  – 1 74  1 37  – 1 74  Mobi l e  &  SRD  
 

  1  627  – 1  661    

  1 51 , 820  – 1 51 , 880  MURS  
 

  1  71 0  – 1  785    

  1 54, 570  – 1 54, 600  MURS  
 

  1  71 0  – 1  785  GSM  

  1 67, 992  – 1 68, 008  I SM  UK on l y  
 

    3G/UMTS  

21 9, 500  21 9  – 220  AMATEUR 
 

    3G/FOMA 

380  – 400  380  – 400  TETRA 
 

    3G/HSPA 

420  – 470  420  – 470  AMATEUR 
 

  1  805  – 1  880  GSM  

  433, 05  – 434, 79  I SM  
 

    3G/UMTS  

    (Region 1  
only)   

    3G/FOMA 

  450  – 470  4G/LTE-A 
 

    3G/HSPA 

698  – 960  698  – 894  3G/UMTS  
 

    3 . 9G/LTE  

    3 . 9G/LTE  
 

  1  900  – 2  025  3G/UMTS  

  746  – 845  TETRA 
 

    3G/FOMA 

  825  – 845  TETRA 
 

    3 . 9G/LTE  

  830  – 840  3G/FOMA 
 

  2  1 1 0  – 2  200  3G/UMTS  

  860  – 91 5  3 . 9G/LTE  
 

    3G/FOMA 

  870  – 876  TETRA 
 

    3 . 9G/LTE  

  860  – 960  RFID  
 

  2  300  – 2  450  AMATEUR 

  886  – 906  I SM  
 

  2  400  – 2  500  I SM  

    (UK only)  
 

  2  300  – 2  400  4G/LTE-A 

  880  – 91 5  GSM  
 

    3 . 9G/LTE  

    3G/FOMA 
 

  2  500  – 2  690  3 . 9G/LTE  

    3G/HSPA 
 

3  300  – 3  600  3  300  – 3  500  AMATEUR 

  91 5  – 921  NADC 
 

  3  400  – 3  600  4G/LTE-A 

  902  – 928  I SM  
 

5  1 50  – 5  925  5  1 50  – 5  350  H IPERLAN  

    (Region 2 
only)   

  5  470  – 5  725  H IPERLAN  

  925  – 960  GSM  
 

  5  650  – 5  925  AMATEUR 

    3G/HSPA 
 

  5  725  – 5  875  I SM  

1  240  – 1  300  1  240  – 1  300  AMATEUR 
 

  5  795  – 5  81 5  RTTT 

1  428  – 2  700  1  428  – 1  496  3 . 9G/LTE  
    

    3G/HSPA 
    

    3 . 9G/LTE  
    

For those  frequency bands  where  a  s i ng l e  test  frequency i s  i nd icated  i n  the  test  frequency range  column ,  the  test  shal l  
be  performed  at  that  frequency on ly.  I f a  frequency range  i s  i n d icated  i n  the  test  frequency range  column,  that  
frequency range  shal l  be  stepped  through  wi th  a  s tep  s i ze  not  l arger than  1  %  of the  actual  frequency.  

NOTE  1  For the  tests,  the  modu lati on  scheme as  g i ven  i n  the  basic  standard  i s  appl i ed .  Other modu lati on  parameters  
are  possib le.  

NOTE  2  For more  i n formation  abou t frequency a l l ocati on  per reg ion ,  see  I EC 61 000-2-5  or I TU  publ i cations.  
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Table  9  – Frequency ranges  of mobi le  transmitters  and   
ISM  equ ipment for the  conducted  RF  tests  

Test frequency 
For i n formation  on l y 
Frequency  range  

Purpose   

MHz MHz  

3, 39  

6, 780  

3, 370  – 3 , 41 0  

6 , 765  – 6 , 795  

I SM  Netherlands  on l y  

I SM  

1 3, 560  1 3, 553  – 1 3, 567  I SM  

27, 1 20  26, 957  – 27, 283  I SM/CB/SRD  

40, 680  40, 66  – 40, 70  I SM/SRD  

 

8 Test set-up and  test phi losophy for EUTs wi th  functions  intended  for safety 
appl ications  

8. 1  Testing  of safety-related  systems and  equ ipment i n tended  to  be  used  i n  safety-
related  systems  

A safety-related  system  may comprise  a  complex and  extended  i nstal lation  and  may a lso  be  
bu i l t  up  i n  various  phys ica l  arrangements.  Immun i ty testing  of such  systems can  hard l y be  
performed  in  a  practical  way by means  of the  various  bas ic standards  as  g i ven  i n  Tables  2  to  
7.  Hence,  correspond ing  immun i ty tests  shal l  be  carried  ou t preferabl y on  equ ipment l evel  as  
described  in  8 . 2.  

I n  case  of physical l y smal l  safety-related  systems,  correspond ing  immun i ty tests  can  be  
appl ied  to  enti re  safety-related  system  wh ich  i s  described  i n  8. 3.  I f an  a l ternative  test  
ph i l osophy is  used ,  th is  sha l l  be  described  in  the  EMC test  p l an  and  a  rationale  for i ts  use  
g i ven .  

8.2  Test ph i losophy for equ ipment in tended  for use  in  safety-related  systems  

Even  though  functional  safety requ ires  the  correct function ing  of the  complete  system ,  for 
example,  compris ing  sensors,  l og ic so lver and  actuators,  i t  i s  possib le  to  test  i ts  devices  
i nd ividual l y.  The  i nd ividual  devices  i n tended  to  be  used  for implementation  i n to  a  safety-
re lated  system  shal l  be  sufficientl y speci fied .  Th is  speci fication  comprises  the  in tended  
function  and  the  al l owed  behaviour i n  case  of fa i l u re.  The  objecti ve  of the  immun i ty tests  i s  to  
prove  that the  speci fication  i s  fu l fi l l ed  for the  considered  e lectromagnetic  phenomena.  

Whether or not a  d is turbed  function  wi l l  become dangerous  is  unknown  because  i t  depends  on  
the  fu ture  appl ication  i n  a  safety-related  system .  Therefore  the  test has  to  show the  behaviour 
of the  EUT.  Deviations  from  the  und isturbed  functions  shal l  be  detectable  and  shal l  be  
documented  i n  the  test report.   

The  performance cri teri on  DS  p laces  add i tional  requ irements  on  the  equ ipment that i s  
i n tended  for use  in  safety-related  appl ications.  I n  th is  case,  the  normal  performance cri teria  
wi th in  the ir associated  l im i ts  and  the  performance  cri terion  DS  both  apply.  The  normal  
performance cri teria  wi th in  thei r associated  l im i ts  and  the  performance  cri terion  DS  are  
cons idered  separate l y.  The  general  approach  of appl ying  performance cri teria  for the  d i fferen t  
types  of functions  i s  shown  in  Table  1 0.  
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Table  1 0  – Appl icable  performance  cri teria  and  observed  behaviour during  test  for  
equ ipment in tended  for use  in  safety-related  systems   

Function  i n tended  for safety appl ication  Function  not i n tended  for safety appl ication  

Normal  EMC test  EMC safety test  Normal  EMC test  EMC safety test  

Performance cri teria  
according  to  the  rel evant 

product standard  

Performance cri teria  

DS  

Performance  cri teria  
accord ing  to  the  rel evant 

product standard  

Don ’ t  care  

-  A,  or   -  A,  or   

-  B  +  observed  
deviation  +  
recovery time  to  
be  documented ,  
or   

 -  B ,  or   

-  C  +  observed  
behavi ou r,  
detectab le  and   
documented   

 -  C   

NOTE  1  The  descripti on  of the  performance  cri teri a  A,  B  and  C  i s  g i ven  i n  I EC 61 326-1 .  

NOTE  2  For more  detai l ed  i n formation  about  a l l owed  effects  duri ng  immun i ty testi ng ,  see  Tables  C. 1  and  C. 2 .  

 

8.3  Test ph i losophy for safety-related  systems  

The EUT shal l  be  mon i tored  during  test to  show that i ts  functional i ty i s  i n  compl iance  wi th  th is  
standard .  Th is  mon i toring  system  shal l  not be  affected  by e lectromagnetic  d isturbances  from  
the  appl ied  test.  

For a  safety-re lated  system  i ts  i n tended  functions  and  possib le  safe  states  are  speci fi ed .  The  
a im  of the  immun i ty tests  is  to  show whether the  system  as  a  whole  behaves  as  speci fied  by 
the  manufacturer and  as  requ i red  by the  performance  cri terion  DS  (see  Clause  6).  

The  performance  cri teria  for functional  safety p lace  add i tional  requ irements  on  safety-related  
systems.  The  normal  performance cri teria  wi th in  thei r associated  l im i ts  and  the  functional  
requ irements  for functional  safety are  considered  separate l y.  Table  B . 2  i l l ustrates  the  
appl ication  of the  re levant performance cri teria  by showing  examples  of a l lowable  effects  due  
to  speci fic  e l ectromagnetic phenomena.  

8.4  Test configuration  and  test performance  

Figu re  1  shows  a  typ ical  configuration  of a  test set-up  for equ ipment i n tended  for use  i n  a  
safety-re lated  system  tested  as  stand-a lone  equ ipment or enti re  system .  I n  th is  configuration ,  
the  immun i ty tests  apply to  the  cons idered  equ ipment on l y.  Other devices  used  to  run  the  
EUT during  test are  separated  from  any e lectromagnetic i n fl uences.  F igure  1  i s  a lso  val i d  i f a  
safety-re lated  system  can  be  tested  as  an  en ti re  system .  

F igu re  2  shows a  typica l  configuration  of a  test set-up  for equ ipment i n tended  for use  i n  a  
safety-related  system  when  tested  as  part  of a  representati ve  safety re lated  system .  I n  th is  
configuration ,  the  immun i ty tests  appl y to  the  equ ipment considered .  Other devices  used  to  
run  the  EUT during  test  are  separated  from  any e lectromagnetic i n fl uences.  

I f the  EUT is  not an  enti re  safety-re lated  system ,  then  the  ports  of the  EUT shou ld  be  
connected  to  other e lemen ts  s imu lating  the  safety system  (sensors/log ic e lements/actuators)  
or other l oads  s imu lati ng  the  characteristics  of actual  e lemen ts.  
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The  EUT shal l  cooperate  wi th  the  devices  of a  safety system ,  wh ich  are  necessary for the  
function  of the  EUT and  for perform ing  the  speci fi ed  function  of the  EUT i n tended  for safety 
appl ications.  

I n  cases  of combinations  of equ ipment runn ing  wi th  safety l og ic solver software  accord ing  to  
IEC 61 508,  correspond ing  immun i ty tests  shal l  be  appl ied  to  at l east one  typical  combination  
as  l ong  as  a  proof of immun i ty for other combinations  can  be  provided  through  appropriate  
anal ytical  evidence.  

The  AE  wh ich  are  necessary for the  function  of the  EUT and  for perform ing  the  function  
i n tended  for safety appl ications  shal l  be  mounted  i n  a  wel l -protected  e lectromagnetic 
envi ronment (see  F igu re  1 ) .  During  the  test,  these  AE  shal l  not be  affected  by e lectromagnetic 
d isturbances.  

Relevant I /O  ports  of the  EUT shal l  be  connected  wi th  the  appropriate  ports  of the  devices  of 
the  safety-related  system ,  wh ich  are  necessary for the  function  of the  EUT and  or for 
perform ing  the  function  i n tended  for safety appl ications.  

Cables  and  I /O  ports  of the  EUT that are  not used  shal l  be  term inated  as  speci fied  by the  
manufacturer.  

On l y cables  speci fi ed  by the  manufacturer of the  EUT or the  safety system  shal l  be  used  i n  
the  test set-up.  

I f standard ized  test methods  are  avai lable  for communication  l i nks  used  for safety functions  
then  i t  i s  s trong l y recommended  that they are  used  (for example,  for fie ld  bus  communications  
refer to  I EC  61 784-3).  

The  safety functions  of the  safety re lated  system  shal l  be  tested  one  after the  other and  i n  
speci fied  combinations.  Immun i ty tests  are  carried  ou t i n  the  s tatic mode of a  safety function ,  
e. g .  a  safety function  i s  acti vated  and  then  the  test i s  performed.   

Immun i ty tests  are  not requ ired  to  be  appl ied  during  the  i nstances  of acti vati ng  or de-
acti vati ng  safety functions,  bu t these  may be  added  to  the  test p l an  by the  manufacturer.  

8.5  Mon itoring   

I f at a l l  poss ible ,  the  mon i toring  system  shal l  not i n fl uence the  behaviour of the  EUT.  I f th is  i s  
not poss ib le,  the  extent of i n fl uence shal l  be  documented .  Under no  ci rcumstances  shal l  the  
safety-re lated  functions  of the  EUT be  affected  by the  mon i toring  system .  

The  mon i toring  system  shal l  observe,  i f appl icable:  

•  the  data  communication  between  the  EUT and  the  devices  wh ich  are  necessary for the 
function  of the  EUT and  for perform ing  the  function  i n tended  for safety appl ications;  and  

•  the  s tatus  of the  ou tpu ts  whose functions  are  i n tended  for safety appl ications.  

9  Test resul ts  and  test report  

The test resu l ts  shal l  be  documented  in  a  comprehensive  test  report wi th  sufficien t detai l  to  
provide  for test repeatabi l i ty.  

The  test report shal l  con tain  the  fo l l owing  m in imum  in formation :  

– EUT description ;  

– the  i tems  speci fied  i n  the  test  p l an ;  

– test data  and  resu l ts ;  
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– test equ ipment and  set-up;  

– the  behaviour observed  during  the  test.  

 

Key 

A EUT:  safety re lated  system  under test  

C  ground ing  poi n t  for sh i e l ded  cable(s)  ( i f requ i red  by the  manufacturer)  

D  decoupl i ng  network(s)  at  the  i n terface  between  the  EUT and  the  e l ectromagneti cal l y d ecoupled  
  envi ronment  

E  EUT g round ing  po in t  ( i f requ i red  by the  manufactu rer)  

G  ground  p l ane  

M  mon i tori ng  system  

P  sh iel ded  mon i tori ng  cable(s)  (any necessary,  and  a l l  safety-re lated ,  fu nctions)  

K i nsu lated  support  

T  EUT port  term inations  (g rounded  i f requ i red  by the  manufacturer)  

U  unsh ie l ded  mon i tori ng  cable(s)  (any necessary,  and  a l l  safety-re l ated ,  functions)  

X e l ectromagneti cal l y d ecoupled  envi ronment  

Figure 1  – Typical  test set-up  for equ ipment in tended  for use in  safety-related  system,  
tested  as  stand-alone  equ ipment or enti re  system  
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Key 

A EUT:  part  of the  safety-rel ated  system  under test  

B  part  of the  safety-rel ated  system  not  under test,  and  auxi l i ary devices  

C  ground ing  poi n t  for sh i el ded  cable  ( i f requ i red  by the  manufacturer)  

D  decoupl i ng  network(s)  at  the  i n terface  between  the  EUT and  the  e l ectromagneti ca l l y  
  decoupled  envi ronment 

E  EUT ground ing  poin t  ( i f requ i red  by the  manufactu rer)  

G  g round  pl ane  

M  mon i tori ng  system  

P  sh ie l ded  mon i tori ng  cable(s)  (for any necessary functions  as  wel l  as  for a l l  safety-related  functions)  

K i nsu lated  support  

S  safety-re lated  system  ou tpu t  – mon i tored  

T EUT port  term inations  (g rounded  i f requ i red  by the  manufacturer)  

U  unsh ie l ded  mon i tori ng  cables  (any necessary,  and  a l l  safety-related ,  functions)  

X e l ectromagneti cal l y d ecoupled  envi ronment  

Figure 2  – Typical  test set-up  for equ ipment  in tended  for use in  a  safety-related  system  
integrated  in to  a  representative safety-related  system  during  test  
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Annex A 
(informative)  

 
Approaches  on  how to apply IEC 61 326-3  series  

There  are  basical l y two  approaches  on  how to  deal  wi th  the  e lectromagnetic envi ronments  
and  to  conclude  on  immun i ty requ i rements.  

a)  To  consider a  general  e lectromagnetic envi ronment wi th  no  speci fic restrictions,  for 
example,  an  industria l  environment,  and  to  take  i n to  account al l  the  e lectromagnetic  
phenomena  that can  occur as  wel l  as  the i r maximum  ampl i tudes  when  deriving  
appropriate  immun i ty l evels  for the  system  and  the  equ ipment.  Th is  approach  has  been  
used  to  determ ine  the  l evels  speci fi ed  wi th in  th is  document l ead ing  to  i ncreased  immun i ty 
l evels  for some e lectromagnetic phenomena compared  to  immun i ty l evels  wh ich  are  
derived  wi thou t functional  safety considerations.  

b)  To  con trol  the  e lectromagnetic envi ronment,  for example,  by the  appl ication  of particu lar 
i nsta l lation  and  m i tigation  practices,  i n  such  a  way that e lectromagnetic phenomena and  
the ir ampl i tudes  cou ld  occur on l y to  a  certa in  extent.  These  phenomena and  restricted  
ampl i tudes  are  then  taken  i n to  account by appropriate  immun i ty l evels.  These  levels  are  
not necessari l y h i gher than  those  derived  wi thou t functional  safety cons iderations  because  
i t  i s  ensured  by correspond ing  means  that h i gher ampl i tudes  are  not normal l y expected .  
Th is  approach  is  considered  in  I EC 61 326-3-2 .   

Appl ying  approach  (a)  wi th  regard  to  a  general  i ndustria l  environment requ ires  appropriate  
knowledge  of the  electromagnetic phenomena  and  the  ampl i tudes  to  be  expected  there.  For 
th is  purpose,  the  e lectromagnetic environment data  of I EC  61 000-2-5  are  to  be  used ,  wh ich  
g i ves  i n formation  abou t e lectromagnetic  phenomena to  be  expected  and  describes  thei r 
ampl i tudes  i n  terms  of compatib i l i ty l evels .  S ince  they can  be  considered  as  d isturbance  
l evels  at wh ich  an  acceptable  e lectromagnetic compatib i l i ty shou ld  exist,  these  l evels  are  
used  as  the  bas is  for normal  immun i ty requ irements  as  g i ven  i n  non-safety-re lated  standards  
such  as  I EC 61 326-1 ,  I EC  61 326-2-X or the  generic standard  I EC 61 000-6-2 .  Th is  normal  
approach  appl ied  to  ach ieve  e lectromagnetic compatib i l i ty i s  based  on  a  techn ical /econom ical  
comprom ise  a l l owing  a  certa in  amount of harmfu l  i n terference  cases.  Th is  approach ,  
however,  i s  not su fficien t i n  the  case  of safety-related  systems and  the  equ ipment used  in  
them .  Immun i ty l evels  have  to  be  determ ined ,  wh ich  take  i n to  account a l l  e lectromagnetic 
phenomena and  the  maximum  levels  to  be  expected  i n  the  electromagnetic envi ronment 
under cons ideration  and  hence,  for many e lectromagnetic phenomena,  these  l evels  are  
i ncreased  compared  to  the  normal  ones.   

Fol lowing  approach  (a),  th is  document g i ves  speci fic  e l ectromagnetic immun i ty requ i rements  
that appl y to  safety-related  systems and  equ ipment i n tended  to  be  used  i n  safety-related  
systems.  These  requ irements  supplement certa in  requ irements  of I EC  61 326-1 ,  and  the  
selected  e lectromagnetic  phenomena  and  defined  immun i ty test  l evels  are  expected  to  match  
wi th  the  envi ronmental  cond i ti ons  of most i ndustria l  appl ications.  

The  correlation  between  the  s tandards  I EC  61 326-1 ,  I EC 61 326-2-X,  I EC  61 326-3-1  and  
IEC 61 326-3-2  is  described  in  the  d iagram  of F igu re  A. 1 .  

The  increased  speci fi ed  test l evels  i n  th is  document are  derived  from  the  h i ghest levels  to  be  
expected  i n  the  environment of most industria l  appl ications.  These  i ncreased  test l evels  are  
re lated  to  the  e lectromagnetic envi ronment ( that  can  occur).  They cannot be  re lated  i n  an  
anal ytica l  way to  the  SI L  requ i red  for the  safety-related  system  because  there  i s  no  practical l y 
provable  re lationsh ip  between  test l evel  and  probabi l i ty of fai l u re  du ring  use.  The  i n fl uences  
of e lectromagnetic phenomena are  cons idered  as  systematic effects  and  by the ir nature  often  
resu l t i n  common  cause  even ts.  
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Des ign  features  of equ ipment shal l  take  i n to  accoun t the  requ ired  SI L  and  shal l  be  des igned  
to  avoid  dangerous  systematic fa i l u res.  Sufficien t immun i ty against e l ectromagnetic  
d isturbances  can  on l y be  ensured  by design ,  m i ti gation  and  construction  techn iques  wh ich  
take  i n to  account e lectromagnetic aspects,  wh ich ,  however,  are  not wi th in  the  scope  of th is  
document.  

I t  i s  therefore  recommended  that the  approach  to  ach ieve  the  capabi l i ty for the  requ i red  S IL  
shou ld  be  through  the  adoption  of des ign  features  on  the  one  hand  and  through  appropriate  
test performance parameters  i n  order to  i ncrease  the  level  of confidence i n  the  test resu l ts  on  
the  other.  
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NOTE  Th is  fl owchart  i s  not  i n tended  to  g i ve  requ i rements  abou t the  sequence  of test.  

Figure A. 1  – Correlation  between  the  standards  
IEC  61 326-1 ,  IEC  61 326-2-x,  IEC  61 326-3-1  and  IEC  61 326-3-2  

START 

Test functions  
against performance criteria,   
under electromagnetic test 

values according to  
IEC 61 326-1  and/or  

IEC 61 326-2-x  

Result:   
EMC tests ? 

Is intended for use  
in  a safety-related 
appl ication ?  
See Clause 1  

Suitable for its intended 
appl ication and  environment 

Is intended  
for use in  a specified  
electromagnetic 
environment ? 

Approach (A)  
Test safety functions  

against performance criteria  
under electromagnetic test 

values according to 
IEC 61 326-3-1  

NOT suitable for its 
intended appl ication 

Suitable for its  intended 
safety-related appl ication 
in  general  industrial  
environments 

IEC 

PASS PASS 
PASS 

NO 

YES 

FAIL 

NO 

YES 

FAIL 

Approach (B)  
Test safety functions  

against performance criteria  
under electromagnetic test 

values according to 
IEC 61 326-3-2 (and  

IEC 61 326-3-1  Table 1 0)  

Result:  
EMC  for safety 

tests ? 

Result:   
EMC for safety 

tests ? 

Suitable for its intended  
safety-related appl ication 
in  specified  industrial  
electromagnetic 
environments 

NOT suitable for its 
intended application 
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Annex B  
(informative)  

 
Evaluation  of electromagnetic phenomena 

The relationsh ip  between  EMC and  safety requ i res  due  consideration ,  particu larl y because  
the  consequences  of safety fa i l u res  can  be  serious.  EMC requ i rements  for safety-related  
equ ipment and  systems  can  on l y be  based  on  extens ive  d iscuss ions  between  the  parties  
i nvolved .  Some I EC standards  or techn ical  speci fications  and  reports  l i ke  I EC  61 508  and  
IEC 61 000-1 -2  deal  wi th  EMC and  functional  safety aspects  bu t both  of them  refer to   
I EC TR 61 000-2-5.   

The  objecti ve  of the  requ irements  to  ach ieve  functional  safety wi th  E/E/PE  systems i s ,  
accord ing  to  I EC 61 508,  to  l im i t  the  maximum  probabi l i ty of a  dangerous  fai l u re  of a  safety 
function  by a  value  g i ven  by the  SI L.  Th is  means  that the  E/E/PE  system  must perform  the  
in tended  function  sufficien tl y wi th  a  probabi l i ty greater than  the  value  derived  from  the  SI L  or,  
i n  the  case  of a  fau l t,  perform  a  defined  fau l t-reaction  function .  To  ach ieve  th is  goal ,  
I EC 61 508  requ ires  the  appl ication  of speci fic techn iques  and  measures  to  avoid  fa i lu res  or to  
con trol  fau l ts  that may occur during  operation  of the  system .  These  requ i rements  re late  to  a l l  
possib le  sources  that cou ld  cause  fai l u res.  I EC  61 508  refers  to  the  I EC 61 000  series  
concern ing  EMC and  asks  for an  EMC speci fication  issued  by the  parties  i nvolved .  The  EMC 
speci fication  shal l  be  based  on  I EC  TR 61 000-2-5.  Wel l -known  e lectromagnetic  phenomena  
are  described  i n  I EC TR 61 000-2-5  for d i fferen t envi ronments .  The  selection  of the  re levant 
phenomena  and  appropriate  test l evels  i s  up  to  the  parties  i nvolved .  

Safety aspects  are  not covered  by the  EMC requ i rements  for normal  use.  Whi le  the  EMC 
requ irements  for normal  use,  for example,  as  defined  i n  I EC 61 000-6-2,  a im  to  support 
sufficient  operation  under normal  cond i tions,  i t  i s  the  a im  of the  safety requ irements  to  assure  
safety of the  equ ipment or the  equ ipment under control .  

The  class ical  approach  for deriving  immun i ty l evels  i n  the  EMC area  can  be  demonstrated  by 
means  of F igure  B . 1  (for further detai ls ,  see  I EC TR 61 000-1 -1  and  I EC TR 61 000-2-5).  I t  
shows the  probabi l i ty densi ty of the  occurrence  of e lectromagnetic  d isturbances  resu l ti ng  from  
the  em iss ions  from  i nd ividual  sources  lead ing  to  an  e lectromagnetic d isturbance  l evel  ( l eft  
curve  in  the  d iagram).  
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Figure B. 1  – Emission/immunity levels  and  compatibi l i ty l evel ,  wi th  an  example  of 
emission/immuni ty l evels  for a  s ing le  emitter and  susceptor,  as  a  function  of some 

independent variables  (see  I EC TR 61 000-1 -1 )  

Ad jacent to  i t  a  curve  i s  shown  wh ich  represents  the  immun i ty behaviour of equ ipment against 
e lectromagnetic d is turbances.  Immun i ty l evels  are  normal l y g i ven  as  d i screte  quan ti tati ve  
va lues.  Nonetheless,  a  probabi l i stic  cu rve  resu l ts  for the  immun i ty behaviour of equ ipment.  
Th is  curve  reflects  the  fact that often  equ ipment may have  a  h i gher immun i ty than  the  
requ ired  one  (the  immun i ty i s  tested  normal l y wi th  respect to  the  requ ired  level  on l y and  not 
beyond  th is  l evel ) ,  bu t  a lso  that there  i s  a  variation  i n  the  actual  immun i ty due  to  
uncertain ties,  such  as  to lerances  i n  the  equ ipment i tsel f,  i n  the  equ ipment manufacturing  
process  or uncertain ties  due  to  test equ ipment and  test performance.  

For a  quan ti tative  description  of such  a  poten tial  i n terference s i tuation ,  a  compatib i l i ty level  i s  
i n troduced  and  is  chosen  as  a  ki nd  of reference  l evel  for the  description  of d isturbances.  
Compatib i l i ty l evels  for the  various  e lectromagnetic phenomena are  g iven  i n   
I EC TR 61 000-2-5,  for example,  and  they can  be  used  as  a  starti ng -poin t for deriving  
immun i ty l evels .  Of course,  the ir actual  va lues  strong l y depend  on  the  e lectromagnetic 
environment under consideration .  Hence,  EMC can  be  ach ieved  on l y i f the  em iss ion  and  
immun i ty l evels  are  con trol led  in  such  a  way that,  at  each  l ocation ,  the  d isturbance l evel  
resu l ting  from  the  cumu lati ve  em issions  i s  sufficien tl y l ower than  the  immun i ty l evel  for each  
device,  equ ipment and  system  s i tuated  at the  same location .  I t  shou ld ,  however,  be  noted  that 
compatib i l i ty l evels  can  be  phenomenon-,  time-  or l ocation-dependent.  

From  the  shape of the  curves  i n  F igure  B . 1 ,  i t  can  be  concluded  that an  increas ing  marg in  
between  the  compatib i l i ty l evel  and  the  appl i ed  immun i ty l evel  l eads  to  a  reduced  probabi l i ty 
for the  occurrence of i n terference  s i tuations  and  therefore  to  a  better immun i ty and  in  tota l  to  
a  “better”  state  of EMC.  Hence for most of the  e lectromagnetic  phenomena  to  be  cons idered ,  
immun i ty test l evels  have  to  be  used  wh ich  are  i ncreased  compared  to  those  used  for normal  
EMC.  

I n  practice,  the  immun i ty l evels  for pu re  EMC purposes  are  derived  so  that the  potentia l  
overlap  between  the  area  i nd icating  the  d isturbance l evels  and  that i nd icati ng  the  immun i ty 
l evels  i s  i n  the  range  of a  smal l  per cen t ( typica l l y 5  %  i s  shown  i n  F igu re  B . 1 )  of those  areas.  
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Th is  approach  represents  a  techn ical /econom ic comprom ise  and  i t  a l l ows  the  poss ib i l i ty that 
i n  some cases,  the  speci fied  immun i ty levels  are  not h i gh  enough  to  avoid  i n terference.  The  
overlap  of 5  %  does  not necessari l y mean  that i n terference takes  place  i n  5  %  of the  
i nstal l ations  where  these  components  are  used .  The  resu l ti ng  probabi l i ty of i n terference  is  
normal l y much  lower as  expla ined  i n  C lause  A.6  of I EC TR 61 000-1 -1 .  

The  curves  in  F igure  B . 1  show the  pri ncipal  behaviour of the  probabi l i ty of d is turbance  l evels  
and  equ ipment immun i ty l evel ,  the  ranges  of p lann ing  l evels  and  immun i ty test l evels  as  wel l  
as  the  pos i ti on  of the  compatib i l i ty l evel .  These  curves  are  phenomenon-,  time-  and /or 
l ocation-dependent.  Hence,  a  poten tia l  knowledge of such  probabi l i stic dens i ty cu rves  for a  
particu lar phenomenon  at a  particu lar i nstal l ation  cannot be  transferred  to  any other 
e lectromagnetic  phenomenon  and  insta l l ation .  

The  actual  knowledge  of such  probabi l i stic curves  is  re lati vel y poor for most electromagnetic  
phenomena.  I ndeed ,  detai led  in formation  is  avai l able  on l y for few phenomena (as ,  for 
example,  for the  topic of l i ghtn ing  protection  and  the  area  of surge  pu lses).  But a lso  i n  these  
cases  the  knowledge exists  more  or l ess  i n  the  fi e ld  of the  phenomenon  i tse l f ( in  the  case  of 
l i gh tn ing  strokes  by means  of i sokeraun ic curves)  and  not so  much  in  the  subsequentl y acting  
stress  on to  an  equ ipment due  to  these  phenomena.  

Even  for the  case  of re lativel y wel l -known  probabi l i stic curves,  i t  can  be  expected  that the  
probabi l i s tic dens i ties  are  wel l  known  in  the  areas  where  they have  va lues  of a  smal l  per cen t  
or several  tens  of per cent.  Th is,  however,  cannot be  cons idered  as  su fficien t when  l ooking  at  
probabi l i stic  requ irements  as  they are  defined  by the  SI L.   

I n  the  fie ld  of safety,  the  eng ineers  of a  safety-related  system  have  to  take  i n to  account  
probabi l i ti es  of 1 0 -5  to  1 0 -9  dangerous  fa i l u res  per hour,  or probabi l i ties  of dangerous  fa i lu re  
down  to  per 1 0 -5  d emand ,  wh ich  fi gures  are  far from  any re l i ab le  probabi l i stic data  concern ing  
both  the  occurrence of e lectromagnetic d is turbances  and  the  occurrence of the  levels  re lated  
to  the  d isturbances.  

From  those  boundary cond i ti ons  i t  can  be  concluded  that  in  most cases  there  wi l l  be  no 
re l i able,  evident and  provable  way to  fi nd  a  cl ear correlation  between  the  compatib i l i ty level  of 
d isturbances  wi th in  an  i nsta l lation  and  the  immun i ty l evel  for an  i tem  of equ ipment to  be  
i nstal led  i n  a  safety-related  system .  

The  on l y practical  way to  derive  appropriate  immun i ty l evels  seems to  be  the  assessment of 
the  particu lar e lectromagnetic  envi ronment i n  wh ich  the  safety-re lated  system  is  i n tended  to  
be  used  and  to  determ ine  immun i ty l evels  by means  of techn ical  arguments.  The  compatib i l i ty 
l evels  as  g iven  i n  I EC  TR 61 000-2-5  can  be  used  as  basis  for deriving  the  requ i red  immun i ty.   

A proposal  applying  th i s  approach  and  taking  i n to  account the  knowledge of EMC and  
functional  safety experts  to  avoid  a  worst-case  speci fication  i n  th is  fie l d  i s  g i ven  i n  Table  B. 1 .  
The  column  “Di fferen t test l evel  for functions  of the  EUT i n tended  for safety appl ications”  
g i ves  i n formation  on  how these  test l evels  are  re lated  to  the  test l evels  for normal  functions.  
They are  derived  by mu l ti p l ication  of the  test l evel  for normal  functions  (taken ,  for example,  
from  IEC  61 326-1  for i ndustria l  locations)  by a  certa in  factor or a l ternativel y by appl ying  the  
next test l evel  i n  the  order of test l evels  as  g iven  i n  the  basic s tandard  under consideration .  I n  
both  cases,  th is  conclus ion  on  test l evels  for safety functions  was  made on  the  bas is  of the  
l evels  as  described  i n  I EC  TR 61 000-2-5  in  con j unction  wi th  eng ineering  arguments .  
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Table  B . 1  – Exemplary considerations  on  electromagnetic phenomena  and  test levels  
wi th  regard  to  functional  safety in  industrial  appl ications  

No  Phenomena  Basi c  standard  Di fferent test l evel  
for functions  of 
the  EUT i n tended  

for safety 
appl ications  

Comments   

1  E lectrostati c  
d i scharge  (ESD)  

I EC 61 000-4-2  Yes  
partl y next l evel  of   
I EC  61 000-4-2  

Levels  shal l  be  appl i ed  i n  accordance  wi th  the  
envi ronmental  cond i ti ons  described  i n  
I EC 61 000-4-2  on  parts  wh ich  may be  
accessib le  by persons  other than  staff working  
i n  accordance  wi th  d efi ned  procedures  for the  
control  of ESD  

No  Access  to  equ ipment l im i ted  to  appropri atel y 
tra ined  personnel  on l y  

2  E lectromagneti c  
fi e l d  

I EC 61 000-4-3  Yes  
Factor 2  to  3  

An  i ncreased  l evel  shal l  be  appl i ed  i n  
frequency ranges  used  for mobi l e  transm i tters  
i n  general ,  except when  re l i abl e  measures  are  
rea l i zed  to  avoid  the  use  of such  equ i pment 
nearby.  I SM  frequenci es  shal l  be  taken  i n to  
account  on  an  i nd i vi dual  bas i s      

3  Burst  I EC 61 000-4-4  Yes  
Factor 1 , 5  to  2  

 

4  Surge  I EC 61 000-4-5  Yes   
Factor 1  to  2  

External  protection  devices  are  a l l owed  to  
ach ieve  the  requ i red  immun i ty 

5  Conducted  RF  I EC 61 000-4-6  Yes   
Factor 3  

An  i ncreased  l evel  shal l  be  appl i ed  i n  
frequency ranges  used  for mobi l e  transm i tters  
i n  general ,  except  when  re l i abl e  measures  are  
rea l i zed  to  avoid  the  use  of such  equ i pment 
nearby.  I SM  frequenci es  shal l  be  taken  i n to  
account on  an  i nd i vi dual  basi s      

6  Power frequency 
magneti c  fi e l d  

I EC 61 000-4-8  No  Appl i cation  i n  accordance  wi th  the  common  
exceptions  g i ven  i n  the  generic  s tandard  

No  safety marg in  i n  general .  A safety marg i n  
may be  necessary i n  an  envi ronment as  
defi ned  i n  I EC 61 000-6-5  or s im i l ar l i ke  an  
i ndustrial  swi tch  yard    

7  Vol tage  d ips   I EC  61 000-4-1 1  No  To  be  decided  case  by case  (d i ps,  
i n terruptions,  vol tage  variati ons).  Vol tage  
vari ati ons  are  considered  as  functional  aspects  
and  not  EMC related  

8  Short  
i n terruptions  

I EC 61 000-4-1 1  No  To  be  decided  case  by case  (d i ps,  
i n terruptions,  vol tage  variati ons).  Vol tage  
variati ons  are  considered  as  functional  aspects  
and  not  EMC related  

9  Conducted  
common-mode  
vol tage  

I EC 61 000-4-1 6  Yes  Yes,  bu t  for short-time  power frequency 
phenomena  on l y.  L im i ted  to  the  rated  vol tage  of 
the  power supply  

1 0  Vol tage  d ips   I EC  61 000-4-29  No  To  be  decided  case  by case  (d i ps,  
i n terruptions,  vol tage  variati ons).  Vol tage  
vari ati ons  are  considered  as  functional  aspects  
and  not  EMC related  

1 1  Short  
i n terruptions   
 

I EC  61 000-4-29  No  To  be  decided  case  by case  (d i ps,  
i n terruptions,  vol tage  variati ons).  Vol tage  
vari ati ons  are  considered  as  functional  aspects  
and  not  EMC related  

1 2  Vol tage  d ips   I EC  61 000-4-34  No  To  be  decided  case  by case  (d i ps ,  
i n terruptions,  vol tage  variati ons).  Vol tage  
variati ons  are  considered  as  functional  aspects  
and  not  EMC related  

1 3  Short  
i n terruptions  

I EC 61 000-4-34  No  To  be  decided  case  by case  (d i ps ,  
i n terruptions,  vol tage  variati ons).  Vol tage  
variati ons  are  considered  as  functional  aspects  
and  not  EMC related  
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Annex C  
(informative)  

 
Al lowed  effects  during  immunity tests  

Tables  C. 1  and  C. 2  g i ve  an  overview of the  a l l owed  effects  during  immun i ty tests  on  the  
d i fferent functions,  i . e. ,  functions  in tended  for safety appl ications  and  functions  not i n tended  
for safety appl ications.  The  occurrence of e ight poss ib le  effects  i s  considered .  Table  C. 1  
refers  to  the  s i tuation  when  equ ipment i s  concerned  and  Table  C. 2  refers  to  the  s i tuation  
when  l ooking  at  the  en ti re  safety-related  system .  

These  tables  present the  ph i l osophy used  i n  th is  document for determ in ing  al l owed  effects  
during  tests.  These  effects  depend  on  the  fo l l owing  considerations:   

•  type  of function  (function  in tended  for safety appl i cation  or function  not i n tended  for safety 
appl ication) ;  and   

•  type  of test (normal  EMC test  or EMC safety test) .  
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Table  C. 1  – Al lowed  effects  during  immun ity tests  on  functions  of equ ipment (1  of 2)  

 Functions  i n tended  for safety appl ications  Functions  not i n tended  for safety appl ications  

 Normal  EMC test l evel  EMC safety test l evel  Normal  EMC test l evel  

No.  Effect during  i n terference  
Continuous   

el ectromagnetic  
phenomena  

Transient  
el ectromagnetic  

phenomena  

Continuous   
el ectromagnetic  

phenomena  

Transient 
el ectromagnetic  

phenomena  

Continuous  
electromagnetic 

phenomena  

Short-time 
transien t  

el ectromagnetic  
phenomena  

Long-time  
transien t  

el ectromagnetic   
phenomena  

1  Function  und isturbed   
 

Always  al lowed  Always  al lowed  Always  al lowed  Always  al lowed    
 

Always  al lowed  Always  al lowed  Always  al lowed  

2  Temporary reproduci ble  d eg ra-
dation  of performance,  degradation  
i n formation  i s  provi ded  (deg ra-
dation  i s  not  necessari l y d etectable  
by au tomatic  d iagnosti c  )    

Al lowed  wi th in  
speci fied  l im i ts  
on l y 

Al lowed  Al lowed  Al lowed  Al lowed  wi th in  
speci fi ed  l im i ts  
on l y  

Al lowed  but no  
need  to  provide  
i n formation  

Al lowed  but no  
need  to  provide  
i n formation  

3  Temporary l oss  of function ,   
operates  as  i n tended  after test  
(sel f-recovering)   

+  

fa i l u re  i s  detectable  by au tomatic  
d i agnosti c  (fai l u re  i n formation  i s  
provi ded )   

Not al lowed  

  
( function  shou ld  
not  fa i l ,  n ormal  
und i stu rbed  
operati on  i s  
requ i red  due  to  
normal  EMC 
behavi ou r)  

Al lowed    Al lowed  
 

Al lowed  Not al lowed  

 

Al lowed  Al lowed  

4  Temporary l oss  of function ,  
operates  as  i n tended  after test  
(sel f-recovering )   

+  

fa i l u re  i s  not  d etectab le  by 
au tomatic  d i agnosti c  ( i n ternal   
or external  of the  EUT)     

Not al lowed   Not al lowed   
(DS  speci fi c  
aspect  
dom inates)  

Not al lowed     Not al lowed   Not al lowed  Al lowed  Al lowed  

5  Temporary l oss  of functi on  wh i ch  
requ i res  operator i n terventi on  or 
reset  for recovery 

+  

fa i l u re  i s  detectable,  for example,  
by d i agnosti c  (fa i l u re  i n formation  i s  
provi ded )   

Not al lowed   

 
(normal  EMC 
requ i rement 
dom inates,  i . e. ,  
the  function  
shou ld  not  fa i l )  

Al lowed  Al lowed  Al lowed  Not al lowed  Not al lowed  Al lowed  
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Table  C . 1  (2 of 2)  

 Functions  i n tended  for safety appl ications  Functions  not i n tended  for safety appl ications  

 Normal  EMC test l evel  EMC safety test l evel  Normal  EMC test l evel  

No.  Effect during  i n terference  
Continuous   

el ectromagnetic  
phenomena  

Transient  
el ectromagnetic  

phenomena  

Continuous   
el ectromagnetic  

phenomena  

Transient 
el ectromagnetic  

phenomena  

Continuous  
electromagnetic 

phenomena  

Short-time 
transien t  

el ectromagnetic 
phenomena  

Long-time  
transien t  

el ectromagnetic   
phenomena  

6  Temporary l oss  of function  wh i ch  
requ i res  operator i n terventi on  or 
reset  for recovery 

+  

fa i l u re  i s  not  d etectab le  by 
au tomatic  d i agnosti c  ( i n ternal  or 
external  of the  EUT)     

Not al lowed   Not al lowed    
(except  safe  
fai l u re)  

Not al lowed   
(except safe  
fa i l u re)  

Not al lowed   
(except safe  
fa i l u re)  

Not al lowed  Not al lowed   Al lowed  

7  As  5,  however,  no  recovery  
(damage  i ncl uded )  

Not al lowed  
(normal  EMC 
requ i rement 
dom inates)  

Not al lowed  
(normal  EMC 
requ i rement 
dom inates)  

Al lowed  Al lowed  Not al lowed  Not al lowed  Not al lowed  

8  As  6,  however no  recovery  
(damage  i ncl uded )  

Not al lowed   Not al lowed   Not al lowed   
(except  safe  
fai l u re)  

Not al lowed   
(except  safe  
fai l u re)  

Not al lowed  

 

Not al lowed  

 

Not al lowed  

 

NOTE  As  short-time trans ient  e l ectromagneti c  phenomena  are  cons idered :  ESD,  burst,  su rge;  as  l ong-time  trans i en t  e l ectromagneti c  phenomena  are  considered :  vol tage  d i ps  
and  vol tage  i n terruptions.  
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Table  C .2  – Al lowed  effects  during  immun i ty tests  on  functions  of a  system  (1  of 2)  

 Safety-rel ated  function  Non-safety-related  function  

 Normal  EMC test l evel  EMC safety test l evel  Normal  EMC test l evel  

No.  Effect during  test  
Continuous  

electromagnetic  
phenomena  

Transient  
el ectromagnetic  

phenomena  

Continuous  
electromagnetic  

phenomena  

Transient 
el ectromagnetic  

phenomena  

Continuous  
electromagnetic 

phenomena  

Short-time 
transien t  

el ectromagnetic  
phenomena  

Long-time  
transien t  

el ectromagnetic   
phenomena  

1  Function  und isturbed   Always  al lowed  Always  al lowed  Always  al lowed  Always  al lowed    Always  al lowed  Always  al lowed  Always  al lowed  

2  Temporary l oss  of function ,  
operates  as  i n tended  after test  
(sel f-recovering)   

+  

fau l t  reaction  as  speci fi ed  i s  
performed   

Not al lowed   
( function  shou ld  
not  fa i l ,  n ormal  
und i stu rbed  
operati on  i s  
requ i red  due  to  
normal  EMC 
behavi ou r)  

Al lowed   
  

Al lowed  
 

Al lowed  
 

Not al lowed  

 

Al lowed  Al lowed  

3  Temporary l oss  of functi on ,   
operates  as  i n tended  after test  
(sel f-recovering )  

+  

speci fi ed  fau l t  reaction  i s  not  
performed   

Not al lowed   Not al lowed   
(DS  speci fi c  
aspect  
dom inates)  

Not al lowed   
  

 Not al lowed   Not al lowed  Al lowed  Al lowed  

4  Temporary l oss  of functi on  wh i ch  
requ i res  operator i n terventi on  or 
reset  for recovery  

+  

speci fi ed  fau l t  reaction  i s  
performed   

Not al lowed   
(normal  EMC 
requ i rement 
dom inates  i . e .  
the  function  must 
not  fa i l )  

Al lowed  Al lowed  Al lowed  Not al lowed  Not al lowed  Al lowed  

5  Temporary l oss  of functi on  wh i ch  
requ i res  operator i n terventi on  or 
reset  for recovery  

+  

speci fi ed  fau l t  reaction  i s  not  
performed   

Not al lowed   Not al lowed    
(except  safe  
fai l u re)  

Not al lowed   
(except safe  
fa i l u re)  

Not al lowed   
(except safe  
fa i l u re)  

Not al lowed  Not al lowed   Al lowed  
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Table  C .2  (2 of 2)  

 Safety-rel ated  function  Non-safety-related  function  

 Normal  EMC test l evel  EMC safety test l evel  Normal  EMC test l evel  

No.  Effect during  test  
Continuous  

electromagnetic  
phenomena  

Transient  
el ectromagnetic  

phenomena  

Continuous  
electromagnetic  

phenomena  

Transient 
el ectromagnetic  

phenomena  

Continuous  
electromagnetic 

phenomena  

Short-time 
transien t  

el ectromagnetic 
phenomena  

Long-time  
transien t  

el ectromagnetic   
phenomena  

6  As  4 ,  however,  no  recovery  
(damage  i ncl uded )  

Not al lowed  
(normal  EMC 
requ i rement  
dom inates)  

Not al lowed  
(normal  EMC 
requ i rement  
dom inates)  

Al lowed  Al lowed  Not al lowed  Not al lowed  Not al lowed  

7  As  5,  however,  no  recovery  
(damage  i ncl uded )  

Not al lowed   Not al lowed   Not al lowed   
(except safe  
fai l u re)  

Not al lowed   
(except safe  
fa i l u re)  

Not al lowed  

 

Not al lowed  

 

Not al lowed  

 

NOTE  As  short-time transien t  e l ectromagneti c  phenomena  are  considered :  ESD,  bu rst,  su rge;  as  l ong-time  transi en t  e l ectromagneti c  phenomena  are  considered :  vol tage  d i ps  
and  vol tage  i n terruptions.  
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AVANT-PROPOS 

1 )  La  Comm ission  É lectrotechn i que  I n ternational e  ( I EC)  est  une  organ isation  mond ial e  de  normal i sation  
composée  de  l 'ensemble  des  com i tés  é l ectrotechn i ques  nati onaux (Com i tés  nationaux de  l ’ I EC).  L’ I EC a  pour 
objet  de  favori ser l a  coopérati on  i n ternati ona le  pou r tou tes  l es  questi ons  de  normal i sation  dans  l es  domaines  
de  l 'é l ectri ci té  et  de  l ' é l ectron ique.  À cet  effet,  l ’ I EC – en tre  au tres  acti vi tés  – publ i e  des  Normes  
i n ternati ona les,  d es  Spéci fi cations  techn iques,  d es  Rapports  techn iques,  d es  Spéci fi cati ons  access ibles  au  
publ i c  (PAS)  et  des  Gu i des  (ci -après  dénommés  "Publ i cation (s)  de  l ’ I EC").  Leu r é l aboration  est  confiée  à  des  
com i tés  d 'études,  aux travaux desque ls  tou t  Com i té  nationa l  i n téressé  par l e  su j et  trai té  peut  parti ciper.  Les  
organ isati ons  i n ternationales ,  gouvernementales  et  non  gouvernementa les,  en  l i a i son  avec l ’ I EC,  parti cipen t 
égal ement aux travaux.  L’ I EC col l abore  étroi tement avec l 'Organ isati on  I n ternationale  de  Normal i sation  ( I SO),  
se lon  des  cond i ti ons  fi xées  par accord  en tre  l es  deux organ isations.  

2 )  Les  décis ions  ou  accords  offi ciel s  d e  l ’ I EC  concernant  l es  q uestions  techn i ques  représentent,  dans  l a  mesure  
du  possib l e,  u n  accord  i n ternational  su r l es  su j ets  étud iés ,  étant  d onné  que  l es  Com i tés  nati onaux de  l ’ I EC  
i n téressés  sont  représentés  dans  chaque  com i té  d ’études.  

3)  Les  Publ i cati ons  de  l ’ I EC se  présenten t sous  l a  forme de  recommandations  i n ternati ona l es  et  son t  agréées  
comme tel l es  par l es  Com i tés  nati onaux de  l ’ I EC.  Tous  l es  efforts  ra i sonnabl es  son t en trepri s  afi n  que  l ’ I EC 
s 'assure  de  l 'exacti tude  du  con tenu  techn i que  de  ses  publ i cations;  l ’ I EC  ne  peu t  pas  être  tenue  responsabl e  de  
l 'éven tuel l e  mauvaise  u ti l i sation  ou  i n terprétation  qu i  en  est  fa i te  par u n  quelconque  u ti l i sateur fi nal .  

4)  Dans  l e  bu t  d 'encou rager l 'u n i form i té  i n ternati onale,  l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC s 'engagent,  dans  tou te  l a  
mesure  possib l e,  à  appl i q uer de  façon  transparente  l es  Publ i cations  de  l ’ I EC dans  l eu rs  publ i cations  nati onales  
et  rég ional es.  Tou tes  d i vergences  en tre  tou tes  Publ i cations  de  l ’ I EC et  tou tes  pub l i cati ons  nati onales  ou  
rég ionales  correspondantes  do iven t être  i nd iquées  en  termes  cl ai rs  dans  ces  dern ières.  

5)  L’ I EC e l l e-même ne  fou rn i t  aucune  attestati on  de  conform i té.  Des  organ ismes  de  certi fi cation  i ndépendants  
fourn i ssen t d es  services  d 'évaluati on  de  conform i té  et,  dans  certai ns  secteu rs,  accèdent  aux marques  de  
conform i té  de  l ’ I EC.  L’ I EC n 'es t  responsabl e  d 'aucun  des  services  effectués  par l es  organ ismes  de  certi fi cation  
i ndépendants.  

6)  Tous  l es  u ti l i sateurs  doi vent  s ' assurer qu ' i l s  son t  en  possession  de  l a  d ern ière  éd i ti on  de  cette  pub l i cati on .  

7)  Aucune  responsabi l i té  ne  doi t  être  imputée  à  l ’ I EC,  à  ses  adm in i strateurs,  employés,  auxi l i a i res  ou  
mandatai res,  y compris  ses  experts  parti cu l i ers  et  l es  membres  de  ses  com i tés  d 'études  et  des  Com i tés  
nationaux de  l ’ I EC,  pour tou t  pré jud i ce  causé  en  cas  de  dommages  corporel s  et  matériel s ,  ou  de  tou t  au tre  
dommage  de  quel que  natu re  q ue  ce  soi t,  d i recte  ou  i nd i recte,  ou  pou r supporter l es  coû ts  (y compris  l es  frai s  
de  j usti ce)  et  l es  dépenses  décou lant  de  l a  publ i cati on  ou  de  l 'u ti l i sati on  de  cette  Publ i cation  de  l ’ I EC ou  de  
tou te  au tre  Publ i cati on  de  l ’ I EC,  ou  au  créd i t  q u i  l u i  est  accordé.  

8)  L 'atten ti on  est  atti rée  sur l es  références  normatives  ci tées  dans  cette  publ i cati on .  L ' u ti l i sation  de  publ i cations  
référencées  est  obl i gatoi re  pou r une  appl i cati on  correcte  de  l a  présente  publ i cati on .  

9)  L’attention  est  atti rée  su r l e  fa i t  q ue  certai ns  des  é l éments  de  l a  présente  Publ i cation  de  l ’ I EC peuvent  fa i re  
l ’ obj et  de  d roi ts  de  brevet.  L ’ I EC ne  sau rai t  être  tenue  pour responsable  de  ne  pas  avoi r i d enti fi é  d e  te l s  d ro i ts  
de  brevets  et  de  ne  pas  avoi r s i gna lé  l eu r exi stence.  

La  norme i n ternationale  I EC 61 326-3-1  a  été  établ ie  par le  sous-com ité  65A:  Aspects  
systèmes,  du  com i té  d ’études  65  de  l ’ I EC:  Mesure,  commande et au tomation  dans  l es  
processus  i ndustrie ls .  

Cette  deuxième éd i ti on  annu le  et remplace  l a  prem ière  éd i tion  parue  en  2008.  Cette  éd i tion  
consti tue  une  révis ion  techn ique.  Cette  éd i ti on  i nclu t l es  mod i fications  techn iques  majeures  
su ivantes  par rapport à  l 'éd i tion  précédente:  
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•  extension  de  l a  p lage  de  fréquences  j usqu ’à  6  GHz pour l ’ essai  de  champ 
é lectromagnétique  à  fréquences  rad ioélectri ques,  conformément à  l ’ I EC 61 000-4-3,  

•  remplacement du  cri tère  de  performance FS  par DS,  conformément à  l a  norme générique  
IEC 61 000-6-7,   

•  a j ou t du  Tableau  1  – aspects  à  prendre  en  considération  lors  de  l 'appl ication  du  cri tère  de  
performance DS,  

•  i n tégration  d ’essais  d ’ immun i té  pour l es  d isposi ti fs  ayan t une  consommation  de  courant 
>  1 6  A,  conformément à  l ’ I EC 61 000-4-34,  

•  m ise  à  j ou r du  Tableau  8  – P lages  de  fréquences  des  émetteu rs  mobi l es  et  des  matérie ls  
I SM ,  

•  m ise  à  j our de  l a  F igure  A. 1  et de  l a  F igure  1  pou r une  mei l l eu re  l i s ib i l i té .  

L ’ I EC  61 326-3-1  doi t  être  l ue  con join tement avec l ’ I EC 61 236-1 .  

Le  texte  de  cette  norme est  i ssu  des  documents  su ivants :   

FDIS  Rapport  de  vote  

65A/81 9/FDIS  65A/825/RVD  

 
Le  rapport de  vote  i nd iqué  dans  le  tableau  ci -dessus  donne  tou te  i n formation  sur l e  vote  ayan t  
abouti  à  l 'approbation  de  cette  norme.  

Cette  publ ication  a  été  réd igée  se lon  l es  D irecti ves  I SO/I EC,  Partie  2 .  

Une  l i s te  de  tou tes  l es  parties  de  l a  série  I EC 61 326,  sous  l e  ti tre  général  Matériel électrique 
de mesure,  de commande et de  laboratoire – Exigences relatives à  la  CEM,  peut être  
consu l tée  sur l e  s i te  web de  l ’ I EC.  

Le  com ité  a  décidé  que  l e  con tenu  de  cette  publ i cation  ne  sera  pas  mod i fié  avant  l a  date  de  
stabi l i té  i nd iquée  sur l e  s i te  web  de  l ’ I EC sous  “h ttp: //webstore. iec.ch"  dans  les  données  
re lati ves  à  la  publ ication  recherchée.  À cette  date,  l a  publ ication  sera  

•  recondu i te;  

•  supprimée;  

•  remplacée  par une  éd i tion  révisée,  ou  

•  amendée.  

 

IMPORTANT – Le  logo "colour inside" qu i  se  trouve sur l a  page de  couverture de  cette  
publ ication   ind ique qu 'el le  contien t des  cou leurs  qu i  sont considérées  comme uti l es  à  
une bonne compréhension  de  son  contenu .  Les  u ti l i sateurs  devraient,  par conséquent,  
imprimer cette  publ ication  en  u ti l i sant une imprimante  cou leur.  
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I NTRODUCTION  

La sécuri té  fonctionnel le  est l a  partie  de  la  sécuri té  du  matérie l  commandé (EUC)  et de  son  
système de  commande  qu i  dépend  du  fonctionnement correct des  systèmes  é lectri ques  
re lati fs  à  l a  sécuri té.  Pour l ’ atte ind re,  tou tes  l es  enti tés  du  matérie l  du  système re lati f à  l a  
sécuri té  impl iquées  dans  l es  performances  des  fonctions  de  sécuri té  doiven t se  comporter 
d ’une  man ière  spéci fiée  dans  tou tes  l es  cond i tions  perti nen tes.  

La  publ ication  I EC  fondamentale  pour l a  sécuri té  fonctionnel l e  des  systèmes  
é lectriques/é lectron iques/électron iques  programmables  re lati fs  à  la  sécuri té  est l ’ I EC  61 508.  
E l le  établ i t  l es  exigences  g lobales  pour l ’ atte in te  de  l a  sécuri té  fonctionnel le .  L ’ immun i té  
suffisante  aux perturbations  é lectromagnétiques  est l ’une  de  ces  exigences.  

Dans  son  concept,  l ’ I EC  61 508  d isti ngue  l ’ appl ication  et l a  conception  des  systèmes  
é lectriques  et é lectron iques  re lati fs  à  l a  sécuri té .  La  spéci fication  g lobale  des  exigences  de  
sécuri té  spéci fie  toutes  l es  exigences  pertinentes  pour l ’appl ication  prévue,  comme su i t:  

a)  défin i tion  des  fonctions  de  sécuri té,  basée sur une  appréciation  du  risque  pour 
l ’appl ication  prévue  (quel les  fonctions  son t prévues  pour rédu ire  l es  risques) ;  

b)  n iveau  d ’ i n tégri té  de  sécuri té  (SI L)  approprié  pour chaque fonction  de  sécuri té  basée su r 
une  appréciation  du  risque  pour l 'appl ication  prévue;  

c)  défin i tion  de  l ’environnement dans  l equel  l e  système est destiné  à  fonctionner,  y compris  
l ’environnement électromagnétique,  te l  q u ’exigé  par l ’ I EC 61 508-2.  

Les  exigences  re lati ves  à  chaque fonction  de  sécuri té  sont a lors  spéci fi ées  dans  une  ou  
p lus ieurs  spéci fications  des  exigences  de  sécuri té  concernant l es  systèmes  (SSRS).  Ainsi ,  en  
ce  qu i  concerne  l ’ immun i té  aux phénomènes  é lectromagnétiques,  l e  poin t de  départ essen tiel  
est l e  fai t  que  l ’ envi ronnement é lectromagnétique  et ses  phénomènes  son t pris  en  compte  
dans  l a  SSRS,  te l  qu ’exigé  dans  l ’ I EC 61 508.  Le  système re lati f à  l a  sécuri té  desti né  à  mettre  
en  œuvre  l a  fonction  de  sécuri té  spéci fiée  doi t  être  conforme à  l a  SSRS et l es  exigences  
d ’ immun i té  correspondantes  doiven t en  décou ler pour les  enti tés  du  matérie l ,  ce  qu i  se  tradu i t  
par une  spéci fication  des  exigences  pour l e  matérie l .  Pour ce  qu i  concerne  l 'envi ronnement 
é lectromagnétique,  i l  convien t que  l a  SSRS et  l a  spéci fication  des  exigences  pour l e  matérie l  
soient fondées  sur une  évaluation  pertinente  des  menaces  é lectromagnétiques  prévis ibles  
dans  l 'envi ronnement réel  sur la  tota l i té  de  l a  durée  d 'exploi tation  du  matérie l .  Ains i ,  l es  
exigences  d ' immun i té  pour le  matérie l  dépendent des  caractéristi ques  de  l 'environnement 
é lectromagnétique  dans  l equel  l e  matérie l  est destiné  à  fonctionner.  

Le  fabricant de  matérie l  do i t  donc prouver que  l e  matérie l  est conforme aux exigences  qu i  l u i  
son t appl icables  et l ' i n tégrateur du  système doi t  prouver que  le  système  est conforme à  l a  
SSRS.  Des  preuves  doiven t être  apportées  en  appl i quan t des  méthodes  appropriées.  I l  n ’ est 
pas  nécessai re  de  ten i r compte  des  au tres  aspects  de  l ’ appl ication ,  par exemple,  les  ri sques  
associés  à  tou te  défai l l ance  du  système re lati f à  l a  sécuri té .  L ’objecti f est que  tou t matérie l  du  
système soi t conforme aux cri tères  particu l iers  de  performance,  par l a  prise  en  compte  des  
aspects  de  sécuri té  fonctionnel le  (par exemple,  le  cri tère  de  performance DS)  j usqu ’aux 
n iveaux spéci fi és  dans  l a  SSRS i ndépendamment du  n i veau  d ’ i n tégri té  de  sécuri té  (SI L)  
exigé.  

Pour des  approches  sur l a  man ière  d ’appl i quer l a  série  I EC  61 326-3,  vo i r l ’Annexe  A.  

I l  existe  également l a  norme CEM  générique  I EC  61 000-6-7,  qu i  trai te  des  aspects  de  l a  
sécuri té  fonctionnel le  dans  l es  envi ronnements  i ndustrie ls .  Les  normes  CEM  génériques  son t 
conçues  pour s ’appl i quer dans  un  envi ronnement é lectromagnétique  défin i  à  des  produ i ts  
pour l esquels  i l  n ’existe  aucune norme CEM  de  produ i t/de  fam i l l e  de  produ i ts  déd iée.  
Cependant,  concernant l es  matérie ls  qu i  re lèvent du  domaine  d ’appl ication  du  présent 
document,  i l  a  été  j ugé  que  l es  i n formations  fourn ies  dans  l a  norme CEM  générique  ne  son t 
pas  suffisan tes.  Des  i n formations  et des  spéci fications  p l us  détai l l ées  se  son t avérées  
nécessai res ,  par exemple,  des  montages  d ’essai  spéci fiques ,  l a  prise  en  considération  
d ’accès  par l a  borne  de  terre  fonctionnel le  ou  la  d i fférentiation  dél ibérée  entre  les  types  
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d ’environnements  é lectromagnétiques  appl icables  aux matérie ls  qu i  re lèvent du  domaine  
d ’appl ication  du  présent document.  

Même s i ,  h istoriquement,  l a  présente  norme de  produ i t a  été  é laborée  quelques  années  avan t 
l a  publ ication  de  l a  norme CEM  générique,  cette  deuxième éd i tion  tien t compte  des  
i n formations  fourn ies  dans  l a  norme CEM  générique  et  les  appl ique  selon  l e  cas .  
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MATÉRIEL ÉLECTRIQUE DE  MESURE,   
DE  COMMANDE ET DE  LABORATOIRE –  
EXIGENCES RELATIVES À LA CEM  –  

 
Partie  3-1 :  Exigences  d ' immuni té  pour les  systèmes  relati fs  à  la  sécuri té  

et pour les  matériels  destinés  à  réal iser des  fonctions  relatives   
à  la  sécuri té  (sécuri té  fonctionnel le)  –  
Appl ications  industriel les  générales  

 
 
 

1  Domaine d ’appl ication  

La présen te  partie  de  l ’ I EC 61 326  couvre  tous  l es  matérie ls  qu i  re lèvent du  domaine  
d ’appl ication  de  l ’ I EC 61 326-1 ,  mais  est l im i tée  aux systèmes  et matérie ls  pour appl ications  
i ndustrie l les  destinés  à  réa l iser des  fonctions  de  sécuri té  te l l es  que  défin i es  dans  l ’ I EC  61 508,  
avec un  n i veau  d ’ i n tégri té  de  sécuri té  (SI L)  1 -3 .   

Les  envi ronnements  é lectromagnétiques  couverts  par l a  présente  norme de  fam i l l e  de  
produ i ts  sont des  environnements  i ndustrie ls,  à  l a  fo is  à  l ’ i n térieur et  à  l ’ extérieur,  te ls  que  
décri ts  pour les  s i tes  i ndustrie ls  dans  l ’ I EC  61 000-6-2  ou  défin is  en  3 . 8  de  l ’ I EC  61 326-1 .  Les  
matérie ls  et les  systèmes  pour une  u ti l i sation  dans  d ’autres  envi ronnements  
é lectromagnétiques,  par exemple  dans  l ’ i ndustrie  de  processus  ou  dans  des  envi ronnements  
avec des  atmosphères  potentiel l ement explos ives,  sont exclus  du  domaine  d ’appl ication  du  
présent document.  

Les  matérie ls  et systèmes  considérés  comme «éprouvés  par une  u ti l i sation  an térieure» ,  
conformément à  l ’ I EC  61 508,  ou  «u ti l i sation  préalable» ,  conformément à  l ’ I EC  61 51 1 ,  sont 
exclus  du  domaine  d ’appl ication  du  présent document.  

Les  systèmes  d ’a larme i ncend ie  et l es  systèmes  d ’a larme de  sécuri té  desti nés  à  l a  protection  
des  bâtiments  son t exclus  du  domaine  d ’appl ication  du  présent document.  

2  Références  normatives  

Les  documents  su ivants  ci tés  dans  l e  texte  consti tuen t,  pour tou t ou  partie  de  l eur contenu ,  
des  exigences  du  présen t document.  Pour l es  références  datées,  seu le  l ’éd i tion  ci tée  
s ’appl ique.  Pour l es  références  non  datées,  l a  dern ière  éd i ti on  du  document de  référence  
s 'appl i que  (y compris  l es  éven tuels  amendements) .  

I EC 60050-1 61 ,  Vocabulaire Électrotechnique International – Partie 161 : Compatibilité  
électromagnétique  (d ispon ib le  sur <h ttp: //www.electroped ia. org /)  

I EC 61 000-4-2 : 2008,  Compatibilité électromagnétique (CEM)  – Partie  4-2: Techniques d'essai 
et de mesure – Essai d'immunité aux décharges électrostatiques 

I EC 61 000-4-3: 2006,  Compatibilité électromagnétique (CEM)  – Partie  4-3: Techniques d'essai 
et de mesure – Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences 
radioélectriques  
I EC 61 000-4-3: 2006/AMD1 :2007   
I EC 61 000-4-3: 2006/AMD2:201 0  

IEC 61 000-4-4: 201 2,  Compatibilité électromagnétique (CEM)  – Partie  4-4: Techniques d'essai 
et de mesure – Essais d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves 

http://www.electropedia.org/
http://www.electropedia.org/
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I EC 61 000-4-5: 201 4,  Compatibilité électromagnétique (CEM)  – Partie  4-5: Techniques d'essai 
et de  mesure – Essai d'immunité aux ondes de choc 

IEC 61 000-4-6: 201 3,  Compatibilité électromagnétique (CEM)  – Partie  4-6: Techniques d'essai 
et de mesure – Immunité aux perturbations conduites,  induites par les champs 
radioélectriques 

I EC 61 000-4-8: 2009,  Compatibilité électromagnétique (CEM)  – Partie  4-8: Techniques d'essai 
et de mesure – Essai d'immunité au champ magnétique à  la  fréquence du réseau 

I EC 61 000-4-1 1 : 2004,  Compatibilité électromagnétique (CEM)  – Partie  4-11 : Techniques 
d'essai et de mesure – Essais d'immunité aux creux de tension,  coupures brèves et variations 
de tension  

IEC 61 000-4-1 6:201 5,  Compatibilité électromagnétique (CEM)  – Partie  4-16: Techniques 
d'essai et de mesure – Essai d'immunité  aux perturbations conduites en  mode commun dans 
la  plage de  fréquences de 0 Hz à  150 kHz 

IEC 61 000-4-29:2000,  Compatibilité électromagnétique (CEM)  – Partie  4-29: Techniques 
d'essai et de mesure – Essais d'immunité aux creux de tension,  coupures brèves et variations 
de tension sur les accès d'alimentation  en  courant continu 

IEC 61 000-4-34:2005,  Compatibilité électromagnétique (CEM)  – Partie  4-34: Techniques 
d'essai et de mesure – Essais d'immunité aux creux de tension,  coupures brèves et variations 
de tension pour matériel ayant un  courant appelé de plus de 16 A  par phase   
I EC 61 000-4-34:2005/AMD1 :2009  

IEC 61 000-6-2 : 201 6,  Compatibilité électromagnétique (CEM)  – Partie 6-2: Normes génériques 
– Norme d’immunité pour les environnements industriels  

I EC 61 326-1 : 201 2,  Matériel électrique de mesure,  de commande et de laboratoire – 
Exigences relatives à  la  CEM – Partie 1 :  Exigences générales 

IEC 61 326-3-2 : ___ 1 ,  Matériel électrique de mesure,  de commande et de laboratoire – 
Exigences relatives à  la  CEM – Partie 3-2: Exigences d’immunité pour les systèmes relatifs à  
la  sécurité et pour les matériels destinés à  réaliser des fonctions relatives à  la  sécurité 
(sécurité fonctionnelle)  – Applications industrielles dont l’environnement électromagnétique 
est spécifié  

I EC 61 508-2: 201 0,  Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques/électroniques/ 
électroniques programmables relatifs à  la  sécurité – Partie  2:  Exigences pour les systèmes 
électriques/électroniques/électroniques programmables relatifs à  la  sécurité  

3 Termes,  défin i tions  et  abréviations  

3. 1  Termes  et défin i tions  

Pour les  besoins  du  présent document,  l es  termes  et défi n i tions  de  l ’ I EC  61 326-1  et de  
l ’ I EC 60050-1 61 ,  a i ns i  que  l es  su ivan ts,  s 'appl iquent.  

L' I SO  et l ' I EC tiennent à  j our des  bases  de  données  term inolog iques  desti nées  à  être  u ti l i sées  
en  normal isation ,  consu l tables  aux adresses  su ivantes:  

•  I EC  E lectroped ia:  d ispon ible  à  l 'adresse  h ttp: //www.electroped ia .org/  

_____________ 

1   En  préparati on .  Stade  au  moment  de  l a  publ i cati on :  I EC/DIS  61 326-3-2 : 201 6.  
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•  I SO  On l ine  browsing  p latform :  d ispon ible  à  l 'adresse  h ttp: //www. iso. org /obp  

NOTE  D'au tres  défi n i ti ons,  q u i  ne  se  trouvent  n i  dans  l ’ I EC 60050-1 61 ,  n i  dans  l e  présent document,  mais  qu i  
sont  néanmoins  nécessai res  à  l 'app l i cation  des  d i fféren ts  essais ,  son t  données  dans  l es  publ i cati ons  
fondamentales  en  CEM  de  l a  séri e  I EC 61 000.  

3. 1 . 1   
défai l lance  dangereuse  
défai l l ance  d ’un  é lément et/ou  sous-système et/ou  système ayan t une  i n fl uence sur l a  m ise  
en  œuvre  de  l a  fonction  de  sécuri té  qu i :   

a)  empêche l e  fonctionnement nécessai re  de  l a  fonction  de  sécuri té  (mode de  sol l ici tation)  
ou  provoque la  défai l lance  d ’une  fonction  de  sécuri té  (mode con tinu)  de  sorte  que  l ’EUC 
est m is  dans  un  état  dangereux ou  poten tie l l ement dangereux,  ou  

b)  d im inue  l a  probabi l i té  que  la  fonction  de  sécuri té  fonctionne  correctement l orsque  c’est 
nécessai re  

[SOURCE:  I EC 61 508-4: 201 0,  3 . 6. 7]  

3. 1 .2   
matériel  
sous-systèmes,  matérie ls ,  apparei ls  et au tres  ensembles  de  produ i ts  

3. 1 .3   
matériel  commandé 
EUC  
équ ipement,  mach ine,  apparei l  ou  i nsta l lation  u ti l i sés  pour l es  activi tés  de  fabrication ,  de  
tra i tement,  de  transport,  méd icales  ou  d ’au tres  acti vi tés  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Le  système de  commande  de  l ’EUC est  séparé  et  d i sti nct  d e  l ’EUC.  

Note  2  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «EUC»  est  déri vée  du  terme  ang l a i s  dével oppé  correspondant «equ i pment under 
control » .  

[SOURCE:  I EC 61 508-4: 201 0,  3 . 2. 1 ]  

3. 1 .4   
sécuri té  fonctionnel le  
sous-ensemble  de  la  sécuri té  g lobale  se  rapportant à  l ’EUC et au  système de  commande de  
l ’EUC qu i  dépend  du  fonctionnement correct des  systèmes  E/E/PE  re lati fs  à  l a  sécuri té  et des  
d isposi ti fs  externes  de  réduction  de  risque  

[SOURCE:  I EC 61 508-4: 201 0,  3 . 1 . 1 2 ]  

3. 1 .5   
dommage 
blessure  phys ique  ou  atte in te  à  l a  san té  des  personnes,  ou  atte in te  aux b iens  ou  à  
l 'environnement 

[SOURCE:  Gu ide  I SO/IEC 51 : 201 4,  3 . 1 ,  mod i fiée  – "phys ique"  a  été  a jou té]  

3. 1 .6   
danger 
phénomène dangereux 
source  potentie l le  de  dommage  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Le  terme i ncl u t  l es  dangers  à  cou rt  terme ou  imméd iats  (tel s  que  l es  i ncend ies  ou  l es  
exp losions)  et  ceux q u i  on t  des  effets  à  l ong  terme  sur l a  santé  ( te l s  q ue  l e  dégagement de  substances  toxiques).  

[SOURCE:  Gu ide  I SO/IEC 51 : 201 4,  3 . 2 ,  mod i fiée  – l a  note  à  l ’ article  a  été  a joutée]  

http://www.iso.org/obp
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3. 1 .7   
défai l l ance  en  sécuri té  
défai l l ance  d ’un  é lémen t et/ou  sous-système et/ou  système ayant une  i n fl uence sur l a  m ise  
en  œuvre  de  l a  fonction  de  sécuri té  qu i :   

a)  condu i t au  fonctionnement paras i te  de  l a  fonction  de  sécuri té  avec l a  potentia l i té  de  
mettre  l ’EUC (ou  une  partie  de  celu i -ci )  dans  un  état de  sécuri té  ou  de  main ten i r un  état 
de  sécuri té,  ou   

b)  augmente  l a  probabi l i té  du  fonctionnement paras i te  de  l a  fonction  de  sécuri té  avec 
poten tia l i té  de  mettre  l ’EUC (ou  une  partie  de  ce lu i -ci )  dans  un  état de  sécuri té  ou  de  
mainten ir un  état  de  sécuri té  

[SOURCE:  I EC 61 508-4: 201 0,  3 . 6. 8]  

3. 1 .8   
fonction  de  sécuri té  
fonction  à  réa l iser par un  système E/E/PE  re lati f à  l a  sécuri té  ou  par un  d isposi ti f externe  de  
réduction  de  risque,  prévue  pour assurer ou  main ten i r un  état  de  sécuri té  de  l ’EUC par 
rapport  à  un  événement dangereux spéci fi que  

EXEMPLE  Des  exemples  de  fonctions  de  sécuri té  comprennent:   

–  l es  fonctions  devant  être  réal i sées  en  tan t  qu ’ actions  posi ti ves  pour évi ter des  s i tuations  dangereuses  (par 
exemple,  arrêt  d ’ un  moteur)  et   

–  l es  fonctions  de  préventi on  de  réa l i sation  d ’actions  (par exemple,  empêcher l e  démarrage  d ’ un  moteur).  

[SOURCE:  I EC 61 508-4: 201 0,  3 . 5. 1 ]  

3. 1 .9   
él ectronique programmable  
PE  
technolog ie  basée sur l ’ i n formatique,  pouvant comprendre  du  matérie l ,  d u  log icie l ,  a ins i  que  
l es  un i tés  d 'en trée  et/ou  de  sortie   

EXEMPLE  Tous  l es  d i sposi ti fs  su ivan ts  sont  d es  d i sposi ti fs  é l ectron iques  programmables:   

–  m icroprocesseu rs,   

–  m icrocontrôleurs,   

–  au tomates  programmables,   

–  ci rcu i ts  i n tég rés  à  appl i cation  spéci fi que  (ASIC),   

–  au tomates  l og i ques  programmables  (PLC),   

–  au tres  d i spos i ti fs  basés  su r l a  technolog ie  i n formatique  (par exemple,  l es  capteu rs  i n te l l i gen ts ,  l es  
transmetteurs,  l es  actionneurs) .  

Note  1  à  l ' arti cl e:  Ce  terme  recouvre  l es  d i sposi ti fs  m icroé lectron iques  basés  sur u ne  ou  p l us i eurs  u n i tés  
central es  de  trai tement (CPU )  associées  à  des  mémoi res,  etc.   

Note  2  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «PE»  est  déri vée  d u  terme  ang lai s  dével oppé  correspondant « prog rammable  
e l ectron ic» .  

[SOURCE:  I EC 61 508-4: 201 0,  3 . 2. 1 2 ]  

3. 1 . 1 0   
él ectrique/électron ique/électronique programmable  
E/E/PE  
technolog ie  basée  sur la  technolog ie  électrique  (E),  et/ou  é lectron ique  (E)  et/ou  é lectron ique  
programmable  (PE)   

EXEMPLE  Les  d i sposi ti fs  é l ectri ques/é lectron iques/él ectron iques  programmables  comprennent  

–  l es  apparei l s  é l ectromécan iques  (électri ques);  

–  l es  apparei l s  é l ectron i ques  non  programmables  à  ci rcu i ts  i n tégrés  (é lectron i ques);  
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–  l es  apparei l s  é l ectron i ques  basés  su r l a  technolog ie  i n formati que  (él ectron iques  prog rammables);  voi r 3 . 2 . 5  d e  
l ’ I EC 61 326-1 : 201 2.  

Note  1  à  l ' arti cl e:  Ce  terme  désigne  l 'ensemble  des  d i sposi ti fs  ou  systèmes  fonctionnant  selon  l es  pri ncipes  
é l ectri ques.  

[SOURCE:  I EC 61 508-4 : 201 0,  3 . 2 . 1 3,  mod i fiée  – l a  référence i nd iquée  dans  le  dern ier ti ret  a  
été  mod i fiée]  

3. 1 . 1 1   
réseau  de  d istribution  à  courant  continu  
réseau  local  à  couran t con tinu  de  d is tribution  é lectri que  dans  l ’ i n frastructure  d ’un  s i te  ou  
immeuble  donné,  destiné  à  la  connexion  de  tout  type  de  matérie l  

Note  1  à  l ’ arti cl e:  La  connexi on  à  des  batteries  l ocal es  ou  à  d i s tance  n ’est  pas  cons idérée  comme un  réseau  l ocal  
de  d i stri bu ti on  à  courant  con ti nu  s i  une  te l l e  l i a i son  n 'est  consti tuée  q ue  de  l ’ a l imentation  pour u n  seu l  matéri el .  

3. 1 . 1 2   
système relati f à  l a  sécuri té  
système désigné  qu i ,  à  l a  fo is  

•  met en  œuvre  l es  fonctions  de  sécuri té  requ ises  pour atte indre  ou  main ten i r un  état de  
sécuri té  de  l 'EUC et  

•  est  prévu  pour atte indre,  par l u i -même ou  grâce  à  d ’au tres  systèmes  E/E/PE  relati fs  à  l a  
sécuri té,  et aux d isposi ti fs  externes  de  réduction  de  risque,  l ' i n tégri té  de  sécuri té  
nécessai re  pour l es  fonctions  de  sécuri té  requ ises  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Un  système rel ati f à  l a  sécuri té  recouvre  l 'ensemble  des  matériel s ,  l og i cie l s ,  a i ns i  que  tous  l es  
équ i pements  annexes  (par exemple,  a l imentation )  nécessai res  pour exécu ter l a  fonction  de  sécuri té  spéci fi ée  ( l es  
capteu rs,  l es  au tres  d i sposi ti fs  d 'en trée,  l es  é l éments  term inaux (actionneurs)  a i ns i  que  l es  au tres  d i sposi ti fs  d e  
sorti e  sont  par conséquent  compris  dans  l e  système re l ati f à  l a  sécuri té).  

[SOURCE:  I EC 61 508-4: 201 0,  3 . 4 . 1 ,  mod i fiée  – l es  notes  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5  et  7  on t été  
supprimées]  

3. 1 . 1 3   
matériel  en  essai  
EUT  
matérie l  (d isposi ti fs,  apparei ls  et  systèmes)  soum is  aux essais  d ’ immun i té  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abrévi ation  «EUT»  est  déri vée  du  terme ang lai s  développé  correspondant «equ ipment under 
test» .  

3. 1 . 1 4   
matériel  auxi l i ai re  
AE  
matérie l  nécessaire  pour fourn ir au  matérie l  en  essai  (EUT)  l es  s ignaux exigés  pour son  
fonctionnement normal  et  l e  matérie l  pour véri fier l es  performances  de  l ’EUT 

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abrévi ation  «AE»  est  déri vée  du  terme  ang la i s  d éveloppé  correspondant «auxi l i ary  
equ i pment» .  

3. 1 . 1 5   
spécification  des  exigences  de  sécuri té  concernant l es  systèmes  
SSRS 
spéci fication  qu i  con tient  l es  exigences  concernant l es  fonctions  de  sécuri té  et l eurs  n i veaux 
d ’ i n tégri té  de  sécuri té  associés  

Note  1  à  l 'arti cl e:  L ’ abrévi ati on  «SSRS»  est  déri vée  du  terme ang la i s  dével oppé  correspondant «system  safety 
requ i rements  speci fi cation» .  
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3. 1 . 1 6   
n iveau  d ' intégri té  de  sécuri té  
SIL  
n iveau  d iscret (parm i  quatre  poss ib les)  correspondant à  une  gamme de  valeurs  d ’ i n tégri té  de  
sécuri té  où  l e  n iveau  4  d ' in tégri té  de  sécuri té  possède l e  p l us  hau t degré  d ' i n tégri té  et l e  
n i veau  1  possède l e  p lus  bas  

Note  1  à  l 'arti cl e:  Les  objecti fs  ch i ffrés  de  défai l l ance  pou r l es  quatre  n i veaux d ' i n tég ri té  d e  sécuri té  sont  i nd i qués  
dans  l es  Tableaux 2  et  3  de  l ’ I EC 61 508-1 : 201 0.  

Note  2  à  l ' arti cl e:  Les  n i veaux d ’ i n tég ri té  de  sécu ri té  son t  u ti l i sés  pou r spéci fi er l es  exi gences  concernant 
l ' i n tég ri té  de  sécu ri té  d es  fonctions  de  sécu ri té  à  a l l ouer aux systèmes  E/E/PE  re lati fs  à  l a  sécuri té.   

Note  3  à  l 'arti cl e:  U n  n i veau  d ’ i n tégri té  de  sécu ri té  (S I L)  ne  consti tue  pas  une  propri été  d ’ un  système,  sous-
système,  é l ément  ou  composant.  L ’ i n terprétation  correcte  de  l ’ expression  «Système  rel ati f à  l a  sécu ri té  à  S I L  n»  
(où  n  est  1 ,  2 ,  3  ou  4 )  s i gn i fi e  que  l e  système est  poten tie l l ement capable  de  prend re  en  charge  l es  fonctions  d e  
sécuri té  avec u n  n i veau  d ’ i n tég ri té  d e  sécuri té  j usqu ’à  n .  

Note  4  à  l 'arti cl e:  L ’ abréviati on  «S I L»  est  déri vée  du  terme ang la i s  d éveloppé  correspondant «safety i n tegri ty  
l evel» .  

[SOURCE:  I EC  61 508-4: 201 0,  3. 5 .8,  mod i fiée  – l a  référence à  3 . 5. 1 7  de  l ’ I EC 61 508-1  a  été  
supprimée  et sa  date  de  publ ication  a  été  ajou tée]  

3.2  Abréviations  

AE  auxi l i ary equ ipment (matérie l  auxi l ia i re)  

DS  defined  state  (état  défin i )  

E/E/PE  e lectrica l /e lectron ic/programmable  e lectron ic  (é lectri que/électron ique/  
é lectron ique  programmable)  

EUC  equ ipment under con trol  (matérie l  commandé)  

EUT equ ipment under test (matérie l  en  essai )  

I SM  i ndustria l ,  scien ti fic  and  med ica l  ( i ndustrie l ,  scien ti fique  et  méd ical )  

PE  protecti ve  earth  ( terre  de  protection)  

SI L  safety i n tegri ty l evel  (n i veau  d ’ i n tégri té  de  sécuri té)  

SSRS  system  safety requ i rements  speci fication  (spéci fication  des  exigences  de  sécuri té  
concernant l es  systèmes)  

4 Général i tés  

En  complément des  exigences  de  l ’ I EC  61 326-1 ,  l a  présente  norme spéci fie  des  exigences  
pour les  systèmes  et matérie ls  pour appl ications  i ndustrie l l es  destinés  à  réal iser des  fonctions  
de  sécuri té  en  accord  avec l ’ I EC 61 508.  Ces  exigences  ne  s 'appl iquent pas  aux fonctions  du  
matérie l  ou  du  système qu i  ne  son t pas  re lati ves  à  l a  sécuri té.   

NOTE  Le  processus  g l obal  de  conception  et  l es  caractéri sti ques  de  conception  nécessai res  pou r réal i ser l a  
sécuri té  foncti onnel l e  des  systèmes  él ectri ques  et  é l ectron i ques  son t défi n i s  dans  l ’ I EC 61 508.  Ce la  i ncl u t  l es  
exi gences  pou r l es  caractéri sti ques  de  concepti on  q u i  fon t  q ue  l e  système est  tol éran t ( I EC 61 508-2: 201 0,  7 . 4. 7. 1 )  
aux pertu rbati ons  é l ectromagnéti ques.   

Les  exigences  d ’ immun i té  de  l ’ I EC 61 326-1  ont été  sélectionnées  pour garan ti r un  n i veau  
adéquat d ’ immun i té  pour l e  matérie l  u ti l i sé  dans  des  app l ications  qu i  ne  son t pas  re lati ves  à  
l a  sécuri té ,  mais  l es  n i veaux d ’ immun i té  exigés  ne  couvrent pas  l es  cas  extrêmes  qu i  peuvent  
surven i r en  tou t emplacement mais  avec une  probabi l i té  extrêmement fa ib le.   

Les  n i veaux d ’essai  d ’ immun i té  augmentés,  comparés  à  ceux décri ts  dans  l ’ I EC 61 326-1 ,  son t 
défin is  comme une  mesure  systématique  pour empêcher des  défai l l ances  dangereuses  
provoquées  par des  phénomènes  é lectromagnétiques.  I l  n ’ est donc pas  nécessai re  de  
prendre  en  compte  l es  effets  des  phénomènes  é lectromagnétiques  dans  l a  quanti fication  du  
n i veau  d ’ in tégri té  de  sécuri té  du  matériel ,  par exemple  l a  probabi l i té  de  défai l lance  en  cas  de  
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sol l ici tation .  Des  n iveaux d ’essai  d ’ immun i té  augmentés  sont défin is  quand  ce la  est 
nécessaire.   

Les  n i veaux d ’essai  d ’ immun i té  augmentés  son t l iés  un iquement aux aspects  de  sécuri té  
fonctionnel le .  I l s  ne  sont pas  appl icables  à  l ’ évaluation  des  aspects  de  fiabi l i té  et de  
d ispon ibi l i té.  Les  n i veaux d ’essai  d ’ immun i té  augmentés  s ’appl i quent  un iquement aux 
fonctions  re latives  à  l a  sécuri té  ayan t un  cri tère  de  performance  spéci fi que  pour l a  sécuri té  
fonctionnel le  (cri tère  de  performance DS).  Les  n i veaux d ’essai  d ’ immun i té  augmentés  
établ issent  l es  l im i tes  pour l es  valeurs  d ’essai  maximales.  La  conform ité  à  l a  présen te  norme 
n ’exige  pas  d ’au tres  essais  avec des  va leurs  p lus  é levées.  

5 Plan  d ’essai  de  CEM  

5. 1  Général i tés  

Avan t d 'effectuer les  essais,  un  p lan  d 'essai  de  CEM  doi t être  établ i .  Ce  p lan  doi t con ten i r au  
m in imum  les  éléments  mentionnés  de  5 . 2  à  5. 6 .  

S i  des  essais  quelconques  son t cons idérés  comme étant i nu ti l es  pour prouver la  conform i té  à  
l a  présente  norme,  l es  j usti fications  re lati ves  à  l a  non-réal isation  de  ces  essais  doiven t être  
documentées  dans  l e  p lan  d ’essai  de  CEM .  

5.2  Instructions  relatives  aux essais  

Les  i nstructions  re lati ves  aux essais  d ’ immun i té  dans  le  cadre  de  fonctions  de  sécuri té  
doivent être  fourn ies  de  façon  détai l l ée  et non  ambiguë .  Par conséquent,  tous  l es  détai ls  
pertinents  re lati fs  à  l a  réal isation  d ’ une  te l le  série  d ’essais  d ’ immun i té  doivent être  fourn is  
dans  l e  p l an  d ’essai .  Led i t p lan  d ’essai  doi t comporter,  au  m in imum,  des  i n formations  
concernant  

•  l es  accès  d ’entrée  et  de  sortie  perti nen ts  pour l es  essais  d ’ immun i té ,  

•  l a  configuration  de  l ’EUT,  y compris  tou t matériel  auxi l i a i re  et  de  survei l lance  nécessai re,  

•  l e  mode  de  fonctionnement des  fonctions  de  sécuri té ,  

•  l es  n i veaux re lati fs  à  l ’essai  d ’ immun i té ,  

•  l es  cri tères  de  performance spéci fiés ,  y compris  l e(s)  état(s)  défi n i (s) ,  

•  l a  survei l l ance  du  comportement de  l ’EUT,  

•  l ’ éva luation  de  l a  réaction  de  l ’EUT face  aux cri tères  de  performance spéci fiés  par les  
fabrican ts.  

5.3  Configuration  de  l 'EUT lors  des  essais  

5.3. 1  Général i tés  

Les  matérie ls  de  mesure,  de  commande et de  l aboratoire  consistent souvent en  des  systèmes  
don t l a  configuration  n 'est pas  fi gée.  Le  type,  l e  nombre  et l ' instal lation  des  d i fféren ts  sous-
ensembles  à  l ' i n térieur du  matérie l  peuven t donc varier d 'un  système à  l 'au tre.  

Afi n  de  s imu ler de  façon  réa l is te  l es  cond i tions  de  CEM,  les  assemblages  de  matérie ls  
doivent représenter une  i nstal l ation  type  te l l e  que  cel l e  spéci fi ée  par le  fabricant.  Les  essais  
de  CEM  doivent être  effectués  comme des  essais  de  type  dans  des  cond i ti ons  normales  te l l es  
que  cel l es  spéci fiées  par l e  fabrican t.  

Dans  certains  cas,  des  montages  auxi l i ai res  sont nécessai res  afin  de  su rvei l ler le  
fonctionnement correct  de  l a  fonction  de  sécuri té  lorsque  des  perturbations  
é lectromagnétiques  on t un  impact sur l ’EUT.  
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5.3.2  Composition  de  l ’EUT 

Tous  l es  d isposi ti fs ,  ba ies,  modu les,  cartes,  etc.  qu i ,  potentie l l ement,  re lèvent de  la  CEM  et  
appartiennent à  l 'EUT,  doivent être  documentés.  Les  j usti fications  re latives  à  l a  composi ti on  
de  l ’EUT chois i  pour l es  essais  doiven t être  documentées  dans  l e  p lan  d ’essai  de  CEM.  

5.3.3  Assemblage  de  l ’EUT 

Si  un  EUT a  pl us ieurs  configurations  i n ternes  et externes  possibles ,  l es  essais  de  type  
doivent être  effectués  avec la  configuration  l a  p l us  sens ible,  te l  que  prévu  par l e  fabrican t.  
Tous  l es  types  de  modu les  doiven t être  soum is  aux essais  au  moins  une  fois.  Les  
j usti fications  de  ce  choix doiven t être  documentées  dans  l e  p l an  d 'essai  de  CEM.  La  
possib i l i té  de  tou te  i n teraction  é lectromagnétique  en tre  des  en ti tés  de  matérie ls  doi t  être  prise  
en  compte  lors  de  la  construction  de  l a  configuration  l a  p lus  sensib le.  Les  j usti fications  de  
l ’assemblage  chois i  pou r l es  essais  doiven t être  documentées  dans  l e  p lan  d 'essai  de  CEM.  

5.3.4  Accès  d ’entrée/sortie  

Lorsqu ’ i l  y a  p lus ieurs  accès  d ’entrée/sortie  de  même type  et de  même fonction ,  l a  connexion  
d ’un  câble  à  un  seu l  accès  est suffisante  à  cond i tion  qu ’ i l  pu isse  être  démontré  que  l es  câbles  
supplémentaires  n ’affecteron t pas  les  résu l tats  de  façon  s i gn i ficati ve.  Les  j usti fications  de  ce  
choix  doiven t être  documentées  dans  l e  p lan  d 'essai  de  CEM.  

5.3.5  Matériel  auxi l iai re  (AE)  

Lorsqu ’ i l  est possib le  d ’u ti l i ser une  variété  d ’en ti tés  de  matériel  auxi l i a i re  (AE)  avec l 'EUT,  au  
moins  une  enti té  de  chaque type  d ’AE  doi t  être  chois ie  pour s imu ler l es  cond i ti ons  réel les  de  
fonctionnement.  L ’AE  peut être  s imu lé.  Tou t l og iciel  u ti l i sé  par l ’AE  doi t  être  suffisamment 
documenté  de  man ière  à  ce  que  l ’ essai  soi t  reproductib le.  

I l  est fortement recommandé que  l ’AE  u ti l i sé  ne  soi t pas  sens ible  aux perturbations  
é lectromagnétiques  comme par exemple  du  matériel  mécan ique,  afi n  de  faci l i ter l a  détection  
et  l ’ évaluation  de  l a  réaction  de  l ’EUT.  

5.3.6  Câblage et mise à  la  terre  

Les  câbles  de  m ise  à  l a  terre  doivent être  raccordés  à  l 'EUT conformément aux spéci fications  
du  fabricant.  I l  ne  doi t pas  y avoi r de  raccordements  supplémentai res  à  l a  terre.  

5.4  Cond i tions  de  fonctionnement  de  l 'EUT lors  des  essais  

5.4. 1  Modes  de  fonctionnement 

Une sélection  des  modes  de  fonctionnement représentati fs  doi t  être  effectuée  en  considéran t 
que  seu les  l es  fonctions  l es  p lus  typiques  du  matérie l  peuvent être  soum ises  aux essais .  Les  
modes  de  fonctionnement estimés,  se lon  la  spéci fication  du  matériel ,  comme étant l es  p lus  
défavorables  pour l ’ appl i cation  prévue,  doiven t être  sélectionnés.  

NOTE  Le  mode  de  fonctionnement  l e  p l us  défavorable  est,  par exemple,  l e  mode  de  fonctionnement l e  p l us  
sens ible.  

5.4.2  Cond itions  d 'envi ronnement 

Les  essais  doivent  être  réal isés  dans  les  p lages  environnementa les  de  fonctionnement 
spéci fiées  par l e  fabrican t (par exemple,  température  ambiante,  hum id i té,  pression  
atmosphérique)  et dans  l es  p lages  ass ignées  pour l a  tens ion  d 'a l imentation  et l a  fréquence,  
sauf l orsque  l es  exigences  d ’essai  spéci fi ées  son t d i fférentes.  
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5.4.3  Logiciel  de  l 'EUT durant l 'essai  

Le  log icie l  u ti l i sé  pour exercer les  modes  de  fonctionnement sélectionnés  doi t  être  
su ffisamment documenté  de  man ière  à  ce  que  l ’ essai  soi t  reproductib le.  

5.5  Spécification  des  cri tères  de  performance  

Les  cri tères  de  performance pour chaque accès  et chaque essai  doiven t être  spéci fiés ,  
l orsque  ce la  est  possib le,  sous  l a  forme de  va leurs  quan ti tati ves.  

5.6  Description  de  l 'essai  

Chaque essai  à  effectuer doi t  être  spéci fié  dans  l e  p lan  d 'essai  de  CEM.  La  description  des  
essais ,  l es  méthodes  d 'essai ,  l es  caractéristi ques  des  essais  et les  montages  d 'essai  son t  
i nd iqués  dans  l es  normes  fondamenta les  mentionnées  dans  l e  Tableau  1 .  I l  n 'est  pas  
nécessaire  de  reprodu i re  l e  con tenu  de  ces  normes  fondamental es  dans  l e  p lan  d 'essai ;  
tou tefois ,  des  i n formations  complémentai res  nécessaires  à  l a  m ise  en  œuvre  pratique  des  
essais  son t i nd iquées  dans  l a  présente  norme.  Dans  certains  cas,  l e  p l an  d 'essai  de  CEM  doi t  
détai l l er tou te  l 'appl ication .   

NOTE  Tous  l es  phénomènes  de  pertu rbation  connus  n 'on t  pas  été  spéci fi és  pour l es  essai s  de  l a  présente  norme,  
mai s  seu lement ceux considérés  comme cri ti ques.  Pour p l us  d ’ i n formations,  vo i r l ’Annexe  B .  

6 Cri tères  de performance 

6. 1  Cri tère  de  performance  DS  

Les  cri tères  de  performance  sont  u ti l i sés  pour décri re  et pour évaluer l a  réaction  du  matérie l  
en  essai  quand  i l  est exposé aux phénomènes  é lectromagnétiques.  Un  cri tère  particu l ier de  
performance DS  doi t être  appl iqué  pour ce  qu i  concerne  la  sécuri té  fonctionnel le.  Le  cri tère  
de  performance  DS  impl i que  ce  qu i  su i t.  

a)  Les  fonctions  de  l ’EUT desti nées  à  une  u ti l i sation  dans  des  appl ications  de  sécuri té  

1 )  ne  son t pas  affectées  hors  de  l eur spéci fication ,  ou  

2)  peuvent être  affectées  temporai rement ou  de  façon  permanente  (même par destruction  
des  composan ts)  s i  l ’EUT réag i t  à  une  perturbation  de  te l le  sorte  que  l 'état  ou  l es  états  
détectables  et défin is  de  l 'EUT sont  

i )  main tenus,  ou   

i i )  atte in ts  dans  un  temps  établ i .   

b)  Les  fonctions  non  destinées  à  une  u ti l i sation  dans  des  appl ications  de  sécuri té  peuvent  
être  perturbées  temporai rement ou  défin i ti vement.  

NOTE  1  I l  est  possib le  que  l ’ é tat  défi n i  se  trouve  hors  des  l im i tes  de  fonctionnement normal .  

NOTE  2  L’ éd i ti on  1  d e  l a  présente  norme  u ti l i sai t  l ’ abréviati on  «FS»  pou r ce  cri tère  de  performance.  
Conformément à  l a  norme fondamentale  I EC 61 000-1 -2  et  à  l a  norme générique  I EC 61 000-6-7,  l ’ abrévi ation  DS  
est  désormais  u ti l i sée  sans  que  l e  contenu  techn ique  n ’a i t  été  mod i fi é.  

6.2  Appl ication  du  cri tère  de  performance DS  

Le cri tère  de  performance DS est appl icable  un iquement aux fonctions  de  l ’EUT destinées  à  
des  appl ications  de  sécuri té.  I l  est  perti nen t pour tou t phénomène.  I l  n ’ y a  pas  de  
d i fférentiation  exigée  en tre  l es  phénomènes  é lectromagnétiques  con tinus  et trans i toi res.  

Le  matérie l  réal isant  ou  desti né  à  réal iser des  fonctions  destinées  à  des  appl ications  de  
sécuri té  ou  des  parties  de  te l les  fonctions  doi t se  comporter d ’une  man ière  spéci fique,  te l  que  
spéci fié  par l e  cri tère  de  performance DS.  Le  comportement spéci fi é  d ’un  système re lati f à  la  
sécuri té  est desti né  à  obten ir ou  main ten i r des  cond i tions  de  sécuri té  du  matériel  et du  
matérie l  commandé.  Pour cela,  l es  fonctions  de  sécuri té  doiven t être  véri fi ées  avant,  pendant 
et  après  l ’ essai  d ’ immun i té.  
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Lorsqu ’une  enti té  d ’un  matérie l  ou  un  système réal ise  à  l a  fo is  des  fonctions  desti nées  à  des  
appl ications  de  sécuri té  et des  fonctions  qu i  ne  son t pas  destinées  à  des  appl ications  de  
sécuri té ,  l es  exigences  re lati ves  à  l a  sécuri té  fonctionnel le  s ’appl iquen t un iquement dans  l e  
con texte  des  fonctions  desti nées  à  des  appl ications  de  sécuri té .  

La  nécess i té  d ’évaluer l es  fonctions  de  sécuri té  se lon  le  cri tère  de  performance DS  requ iert  
une  survei l l ance  précise  de  l ’ état  techn ique  de  l ’EUT.  À cet effet,  l e  cri tère  de  performance  
DS  doi t être  i nd iqué  de  man ière  non  ambiguë.  Dans  de  nombreux cas,  un  matérie l  auxi l ia i re  
spéci fique  est nécessai re  afi n  d ’ i den ti fier de  man ière  non  ambiguë  et de  survei l l er l e  
fonctionnement correct de  l a  fonction  de  sécuri té  à  l ’ étude.  I l  do i t être  garan ti  que  l ed i t  
matérie l  auxi l i a i re  n ’affecte  pas  l e  comportement de  l ’ EUT au  cours  des  essais  d ’ immun i té .   

6.3  Aspects  à  prendre en  considération  lors  de  l ’appl ication  du  cri tère  de  
performance DS  

Si  un  EUT,  en  réaction  à  une  pertu rbation ,  passe  à  l 'état défin i ,  i l  doi t être  véri fié  que  ce  
passage à  l 'état défin i  n 'est pas  seu lement un  résu l tat exceptionnel ,  mais  que  ce  
comportement est reproductib le.  Pour véri fi er la  reproductib i l i té ,  l es  règ les  défin ies  au  
Tableau  1  doivent être  appl iquées  au  cri tère  de  performance DS.  

Tableau  1  – Réaction  de  l ’EUT au  cours  de  l ’ essai  

Essai  Réaction  de  l ’ EUT pendan t l ’ essai   Comment poursu ivre  l es  essais  

Transi toi re  a  L’EUT passe  dans  u n  état  d éfi n i  et  
une  i n teraction  avec l ’ u ti l i sateu r est  
nécessai re  afi n  de  pou rsu i vre  
l ’ opérati on .  

L’EUT doi t  être  ramené  à  u n  fonctionnement normal  et  
l ’ essai  doi t  être  répété  3  fo i s  avec l e  même n i veau  
d ’essai  et  l a  même polari té  et  l ’EUT doi t  réag i r d ’ u ne  
façon  conforme  au  cri tère  de  performance  DS  à  chaque  
foi s .  Dans  ce  cas,  l ’ essai  doi t  ê tre  poursu ivi  avec l e  
n i veau  d ’essai  su i vant  ou  l a  po lari té  su ivante,  
conformément à  l a  norme fondamentale.  

L ’EUT passe  dans  u n  état  d éfi n i  et  
est  endommagé  de  man ière  
permanente.  

L’EUT doi t  être  remplacé  ou  réparé  et  l ’ essai  doi t  être  
répété  3  fo i s  avec l e  même n i veau  d ’essai  et  l a  même 
polari té  et  l ’EUT doi t  réag i r d ’ une  façon  conforme  au  
cri tère  de  performance  DS  à  chaque  foi s .  Dans  ce  cas,  
l ’ essai  doi t  être  pou rsu i vi  avec l e  n i veau  d ’ essai  su ivant  
ou  l a  polari té  su ivan te,  conformément  à  l a  norme 
fondamentale.  

Con ti nu  b  L’EUT passe  dans  u n  état  d éfi n i  à  
une  fréquence  d ’essai  donnée  tel  
que  décri t  en  a )  2 )  de  6 . 1 .  

L ’EUT doi t  être  de  nouveau  soum is  à  l ’ essai  3  foi s  à  l a  
même fréquence  et  l ’EUT doi t  réag i r d ’ une  façon  
conforme au  cri tère  de  performance  DS  à  chaque  foi s .  

S i  l ’EUT réag i t  à  chaque  foi s  d e  l a  même man ière,  l es  
fréquences  su ivantes  peuvent être  soum ises  à  l ’ essai  
seu lement une  foi s  par fréquence.  

a  Essais  conformes  aux normes  I EC 61 000-4-2 ,  I EC 61 000-4-4,  I EC 61 000-4-5,  I EC 61 000-4-1 1 ,   
I EC  61 000-4-29,  I EC 61 000-4-34.  

b  Essais  conformes  aux normes  I EC 61 000-4-3,  I EC 61 000-4-6,  I EC 61 000-4-8,  I EC 61 000-4-1 6.  

 

7 Exigences  d ’ immunité  

Les  exigences  d ’ immun i té  supplémenta ires  à  ce l l es  données  dans  l ’ I EC 61 326-1  sont 
données  du  Tableau  2  au  Tableau  7 .  Le  Tableau  1 0  donne  une  vue  d ’ensemble  des  effets  
adm is  des  perturbations  é lectromagnétiques  su r l es  fonctions  destinées  à  des  appl ications  de  
sécuri té  et  sur les  fonctions  qu i  ne  son t pas  destinées  à  des  appl ications  de  sécuri té.  

NOTE  Certaines  des  valeu rs  d ’essai  i nd i quées  d u  Tableau  2  au  Tab leau  7  son t  moins  sévères  que  l es  val eu rs  
i nd i quées  dans  l a  norme  CEM  généri que  I EC 61 000-6-7.  Con formément au  Gu i de  I EC 1 07,  l orsqu ’une  norme  CEM  
de  fam i l l e  d e  produ i ts  ou  de  produ i t  spéci fi e  d es  val eurs/n iveaux d ’essai  moins  sévères  pou r u n  phénomène,  ou  s i  
un  phénomène  n ’est  que  parti e l l ement couvert  (par exemple,  l a  norme CEM  de  fam i l l e  de  produ i ts  ou  de  produ i t  ne  
couvre  qu 'une  parti e  de  l a  p l age  de  fréquences  recommandée),  une  j usti fi cati on  ou  u ne  référence  à  l ’ exi gence  
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appl i cabl e  dans  une  au tre  norme  CEM  doi t  être  donnée  dans  l a  norme  CEM  de  fam i l l e  d e  produ i ts  ou  de  produ i t.  
Une  te l l e  référence  peut  être  fa i te  à  l ’ I EC 61 326-3-1 : 2008,  de  l aquel l e  on t  été  dédu i tes  l es  exi gences  de  l a  
présente  norme  et  don t  l es  exi gences  on t  été  éprouvées  dans  l a  prati que.  

Certa ins  des  phénomènes  é lectromagnétiques  énumérés  dans  l e  Tableau  1  peuvent être  
re l iés  à  un  état du  fonctionnement du  matérie l  un iquement par une  méthode s tatistique,  par 
exemple,  l ’ i nstant d ’une  impu ls ion  par rapport à  un  état momentané  d ’ un  ci rcu i t numérique  ou  
à  l ’ ém ission  d ’un  s i gnal  numérique.  Afi n  d ’augmenter le  n i veau  de  confiance  par rapport à  l eur 
immun i té  aux perturbations  é lectromagnétiques,  pour l es  systèmes  re lati fs  à  l a  sécuri té  et l es  
matérie ls  prévus  pour l es  SI L  pl us  é levés,  i l  est exigé  de  réal iser des  essais  d ’ immun i té  par 
rapport aux phénomènes  électromagnétiques  avec un  nombre  p l us  é levé  d ’ impu ls ions ,  en  
comparaison  des  exigences  de  réal isation  d ’essai  des  normes  fondamentales  en  CEM  
correspondantes.  Cela  peu t être  fa i t  en  u ti l i san t des  temps  d ’essai  pl us  longs  ou  en  
appl iquan t p l us  d ’ impu ls ions  d ’essai  (voi r l e  texte  du  Tableau  1 ) .  

Tableau  2  – Exigences  des  essais  d ’ immuni té  – Accès  par l ’ enveloppe  

 Phénomène  Norme 
fondamentale  

Essai  pour l a  fonction  destinée  à  des  appl ications  de  sécuri té  
Valeur d ’essai  – Cri tère  de  performance  

1 . 1  

 

Décharge  él ectrostati que  
(DES)  

I EC 61 000-4-2  ±  6  kV décharge  au  contact  a,  b  

±  8  kV décharge  dans  l ’ a i r a,  b   

DS  

1 . 2  Champ 
é lectromagnéti que  

I EC 61 000-4-3  

 

20  V/m  (80  MHz à  1  GHz,  1  kHz (80  %  AM))  c  
1 0  V/m  (1 , 4  GHz à  2  GHz,  1  kHz (80  %  AM))  c  
3  V/m  (2 , 0  GHz à  6 , 0  GHz,  1  kHz (80  %  AM))  c  

DS  

1 . 3  Champ magnéti que  à  l a  
fréquence  du  réseau  

I EC 61 000-4-8  30  A/m  d  DS  

a  Ces  val eurs  doi vent  être  appl i quées  conformément  aux cond i ti ons  d ’envi ronnement décri tes  dans  l ’ I EC 61 000-4-2 ,  
sur l es  parti es  q u i  peuvent être  accessib les  à  des  personnes  au tres  que  l e  personnel  travai l l an t  selon  l es  
procédu res  défi n ies  de  con trô le  des  DES,  mais  pas  au  matéri el  dont  l ’ accès  est  l im i té  un iquement au  personne l  
ayant  été  spécia lement formé.  

b  Pour l e  matérie l  desti né  à  u ne  appl i cation  de  S I L  3 ,  l e  nombre  de  décharges  au  n i veau  l e  p l us  é l evé  do i t  être  
augmenté  d 'un  facteur 3  par rapport  au  nombre  donné  dans  l a  norme fondamentale.  

c  Ces  valeurs  d ’ essai  do iven t être  app l i q uées  dans  l es  p l ages  de  fréquences  données  dans  l e  Tabl eau  8 .  Les  
fréquences  I SM  doi vent  être  pri ses  en  compte  su r une  base  i n d ivi duel l e.  

d  Appl i cab le  u n iquement pour l e  matérie l  con tenant  des  d i spos i ti fs  sensib les  aux champs  magnéti ques.  
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Tableau  3  – Exigences  des  essais  d ’ immun ité  – 
Accès  par l es  bornes  d ’al imentation  en  courant  al ternati f 

 Phénomène  Norme 
fondamentale  

Essai  pour l a  fonction  destinée  à  des  appl ications  de  sécuri té  
Valeur d ’essai  – Cri tère  de  performance  

2. 1  Salve  I EC 61 000-4-4  3  kV (5/50  ns,  5  kHz)  a  DS  

2 . 2  Onde  de  choc  I EC 61 000-4-5  2  kV (entre  phases)  b ,  c  

4  kV (phase  à  terre)  b ,  c  

DS  

2 . 3  Pertu rbati ons  RF  
condu i tes  

I EC 61 000-4-6  1 0  V (1 50  kHz à  80  MHz,  1  kHz (80  %  AM))  d  DS  

2 . 4  Creux de  tension  I EC 61 000-4-1 1  
ou  
I EC 61 000-4-34  

0  %  pendant 1  cycle  
40  %  pendant 1 0/1 2  cycles  e  
70  %  pendant 25/30  cycles  e  

DS  
DS  
DS  

2 . 5  Coupu res  brèves  I EC 61 000-4-1 1  
ou  
I EC 61 000-4-34  

0 % pendant 250/300  cycles  e  

 

DS  

2 . 6  Tens ion  condu i te  en  
mode  commun   

I EC 61 000-4-1 6  1  V à  1 0  V,  20  dB/Décade  (1 , 5  kHz à  1 5  kHz)  
1 0  V (1 5  kHz à  1 50  kHz)  

DS  

a  Pour l e  matériel  desti né  à  u ne  appl i cation  de  S I L  3 ,  l a  du rée  de  l ’ essai  au  n i veau  l e  p l us  é l evé  doi t  être  augmentée  
d 'un  facteur 5  par rapport  à  l a  du rée  donnée  dans  l a  norme  fondamental e.  

b  Pour l e  matérie l  desti né  à  u ne  appl i cati on  de  S I L  3 ,  l e  nombre  d ’ impu ls ions  au  n i veau  l e  p l us  é l evé  doi t  être  
augmenté  d 'un  facteur 3  par rapport  au  nombre  donné  dans  l a  norme  fondamentale.  

c  Le  n i veau  d ’ immun i té  exi gé  peut  être  atte in t  par l e  b i ai s  de  l ’ u ti l i sation  de  d i sposi ti fs  d e  protection  externes.  Tout  
d i spos i ti f u ti l i sé  a i ns i  q ue  l es  exi gences  d ’ i nstal l ati on  associées  doi vent  être  spéci fi és  dans  l a  d ocumentation  
desti née  à  l ’ u ti l i sateur.  

d  Ces  val eu rs  d ’essai  do ivent  être  appl i quées  dans  l es  p l ages  de  fréquences  données  dans  l e  Tableau  9.  Les  
fréquences  I SM  doi ven t être  pri ses  en  compte  su r une  base  i n d ivi duel l e .  

e  « 1 0/1 2  cycles»  s i gn i fi e  « 1 0  cycles  pour l ’ essai  à  50  Hz»  et  « 1 2  cycles  pour l ’ essai  à  60  H z»  (s i gn i fi cati on  s im i l a i re  
pou r 25/30  cycl es  et  250/300  cycles).  
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Tableau  4  – Exigences  des  essais  d ’ immunité  – 
Accès  par l es  bornes  d ’al imentation  en  courant continu  

 Phénomène  Norme 
fondamentale  

Essai  pour l a  fonction  destinée  à  des  appl ications  de  sécuri té  
Valeur d ’essai  – Cri tère  de  performance  

3. 1  Salve  I EC 61 000-4-4  3  kV (5/50  ns,  5  kHz)a  DS  

3 . 2  Onde  de  choc  I EC 61 000-4-5  1  kV (en tre  phases)  b ,  c  

2  kV (phase  à  terre)  b,  c  

DS  

3. 3  Pertu rbati ons  RF  
condu i tes  

I EC 61 000-4-6  1 0  V (1 50  kHz à  80  MHz,  1  kHz (80  %  AM))  d  DS  

3. 4  Tens ion  condu i te  en  
mode  commun  

I EC 61 000-4-1 6  1  V à  1 0  V,  20  dB/Décade  (1 , 5  kHz à  1 5  kHz)  

1 0  V (1 5  kHz à  1 50  kHz)  

1 0  V (cou ran t con ti nu ,  1 6  2/3  Hz,  50  H z/60  Hz et  
1 50  Hz/1 80  Hz)   

1 00  V courte  du rée  (1  s ,  couran t conti nu ,  1 6  2/3  Hz et  
50  Hz/60  H z)  

DS  

3. 5  Creux de  tens ion  I EC 61 000-4-29  40  %  UT  pendant  1 0  ms  DS  

3. 6  Coupu res  brèves  I EC 61 000-4-29  0  %  UT  pendant 20  ms  DS  

Les  l i a i sons  de  couran t con ti nu  en tre  l es  composants  d ’ un  matérie l /système  qu i  ne  son t pas  connectés  à  un  réseau  de  
d i stri bu tion  de  cou ran t con ti nu  sont  tra i tées  comme des  accès  d ’en trée/sorti e  s i gnal /commande  (voi r Tableaux 5  et  6 ) .  

a  Pour l e  matéri el  d esti né  à  u ne  app l i cation  de  S I L  3 ,  l a  du rée  de  l ’ essai  au  n i veau  l e  p l us  é l evé  do i t  être  augmentée  
d 'un  facteur 5  par rapport  à  l a  du rée  donnée  dans  l a  norme fondamental e.  

b  Pour l e  matériel  desti né  à  u ne  app l i cation  de  S I L  3 ,  l e  nombre  d ’ impu ls ions  au  n i veau  l e  p l us  é l evé  doi t  être  
augmenté  d 'un  facteur 3  par rapport  au  nombre  donné  dans  l a  norme  fondamentale.  

c  Le  n i veau  d ’ immun i té  exigé  peut  être  atte in t  par l e  b i a i s  de  l ’ u ti l i sation  de  d i sposi ti fs  d e  protection  externes.  Tou t  
d i sposi ti f u ti l i sé  a i ns i  q ue  l es  exigences  d ’ i nstal l ati on  associées  do iven t être  spéci fi és  dans  l a  documentation  
desti née  à  l ’ u ti l i sateur.  

d  Ces  valeurs  d ’essai  d oi vent  être  appl i quées  dans  l es  p l ages  de  fréquences  données  dans  l e  Tab leau  9  u ti l i sées  en  
général  pour l es  émetteurs  mobi l es .  Les  fréquences  I SM  doi ven t être  pri ses  en  compte  su r u ne  base  i nd ivi duel l e .  
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Tableau  5  – Exigences  des  essais  d ’ immun ité  – 
Accès  par l es  bornes  d ’entrée/sortie  signal /commande  

 Phénomène  Norme 
fondamentale  

Essai  pour l a  fonction  destinée  à  des  appl ications  de  sécuri té  
Valeur d ’essai  – Cri tère  de  performance  

4. 1  Salve  I EC 61 000-4-4  2  kV (5/50  ns,  5  kHz)  a ,  b  DS  

4 . 2  Onde  de  choc  I EC 61 000-4-5  2  kV (phase  à  terre)  c ,  d ,  e   DS  

4 . 3  Pertu rbati ons  RF  
condu i tes  

I EC 61 000-4-6  1 0  V (1 50  kHz à  80  MHz,  1  kHz (80  %  AM)) f  DS  

4 . 4  Tension  condu i te  en  
mode  commun  d ,  g  

I EC  61 000-4-1 6  1  V à  1 0  V,  20  dB/Décade  (1 , 5  kHz à  1 5  kHz)  

1 0  V (1 5  kHz à  1 50  kHz)  

1 0  V (cou rant  con ti nu ,  1 6  2 /3  Hz,  50  Hz/60  Hz et  
1 50  Hz/1 80  Hz)   

1 00  V courte  du rée  (1  s ,  couran t con ti nu ,  1 6  2 /3  Hz et  
50  Hz/60  H z)  

DS  

a  Un iquement  d ans  l e  cas  de  l i g nes  >  3  m .  

b  Pour l e  matéri el  d esti né  à  u ne  app l i cation  de  S I L  3 ,  l a  du rée  de  l ’ essai  au  n i veau  l e  p l us  é l evé  do i t  être  augmentée  
d 'un  facteur 5  par rapport  à  l a  du rée  donnée  dans  l a  norme  fondamental e.  

c  Un i quement d ans  l e  cas  de  l i g nes  à  g rande  d i stance  (voi r 3 . 1 0  de  l ’ I EC 61 326-1 : 201 2).  

d  Pour l e  matéri e l  d esti né  à  u ne  appl i cati on  de  n i veau  S I L  3 ,  l e  nombre  d ’ impu ls ions  au  n i veau  l e  p l us  é l evé  doi t  être  
augmenté  d 'un  facteur 3  par rapport  au  nombre  donné  dans  l a  norme fondamentale.  

e   Le  n i veau  d ’ immun i té  exigé  peut  être  atte in t  par l e  b i a i s  de  l ’ u ti l i sation  de  d i sposi ti fs  d e  protection  externes.  Tou t  
d i sposi ti f u ti l i sé  a i ns i  q ue  l es  exigences  d ’ i nstal l ati on  associées  do ivent  être  spéci fi és  dans  l a  documentation  
desti née  à  l ’ u ti l i sateur.  

f  Ces  va leu rs  d ’essai  doi ven t être  appl i quées  dans  l es  p l ages  de  fréquences  données  dans  l e  Tabl eau  9  u ti l i sées  en  
général  pour l es  émetteurs  mobi l es.  Les  fréquences  I SM  doi ven t être  pri ses  en  compte  sur u ne  base  i nd ivi duel l e.  

g  Un iquement  d ans  l e  cas  de  sys tèmes  ou  de  matériel  re l i és  à  l a  terre.  
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Tableau  6  – Exigences  des  essais  d ’ immun ité  – Accès  par les  bornes  d ’entrée/sortie  
s ignal /commande connectées  d irectement aux réseaux d ’al imentation  électrique  

 Phénomène  Norme 
fondamentale  

Essai  pour l a  fonction  destinée  à  des  appl ications  de  sécuri té  
Valeur d ’essai  – Cri tère  de  performance  

5. 1  Salve  I EC 61 000-4-4  3  kV (5/50  ns,  5  kHz)  a  DS  

5. 2  Onde  de  choc  I EC 61 000-4-5  2  kV (en tre  phases)  b ,  c,  d   

4  kV (phase  à  terre)  b,  c,  d   

DS  

5. 3  Pertu rbati ons  RF  
condu i tes  

I EC 61 000-4-6  1 0  V (1 50  kHz à  80  MHz,  1  kHz (80  %  AM))  e  DS  

5. 4  Tens ion  condu i te  en  
mode  commun   

I EC 61 000-4-1 6  1  V à  1 0  V,  20  dB/Décade  (1 , 5  kHz à  1 5  kHz)  

1 0  V (1 5  kHz à  1 50  kHz)  

1 0  V (cou rant  con ti nu ,  1 6  2/3  Hz,  50  H z/60  Hz et  
1 50  Hz/1 80  Hz)   

1 00  V courte  du rée  (1  s ,  couran t conti nu ,  1 6  2/3  Hz et  
50  Hz/60  H z)  

DS  

a  Pour l e  matérie l  d esti né  à  u ne  appl i cation  de  n i veau  S I L  3 ,  l a  du rée  de  l ’ essai  au  n i veau  l e  p l us  é l evé  doi t  être  
augmentée  d 'un  facteu r 5  par rapport  à  l a  du rée  donnée  dans  l a  norme  fondamental e.  

b  Pour l e  matérie l  desti né  à  u ne  appl i cation  de  n i veau  S I L  3 ,  l e  nombre  d ’ impu ls ions  au  n i veau  l e  p l us  é l evé  doi t  être  
augmenté  d 'un  facteur 3  par rapport  au  nombre  donné  dans  l a  norme fondamentale.  

c  Le  n i veau  d ’ immun i té  exigé  peut  être  atte in t  par l e  b i a i s  de  l ’ u ti l i sation  de  d i sposi ti fs  d e  protection  externes.  Tou t  
d i sposi ti f u ti l i sé  a i ns i  q ue  l es  exigences  d ’ i nstal l ati on  associées  do iven t être  spéci fi és  dans  l a  documentation  
desti née  à  l ’ u ti l i sateur.  

d  Les  l i gnes  d ’a l imentation  courant  a l ternati f/couran t con ti nu  d u  réseau  de  coupl age  doi vent  être  u ti l i sées.  

e  Ces  valeurs  d ’essai  d oi vent  être  appl i quées  dans  l es  p l ages  de  fréquences  données  dans  l e  Tab leau  9  u ti l i sées  en  
général  pour l es  émetteurs  mobi l es .  Les  fréquences  I SM  doi vent  être  pri ses  en  compte  sur u ne  base  i nd ivi duel l e .  

 

Tableau  7  – Exigences  des  essais  d ’ immuni té  – M ise  à  l a  terre  fonctionnel le  

 Phénomène  Norme 
fondamentale  

Essai  pour l a  fonction  destinée  à  des  appl ications  de  sécuri té  
Valeur d ’essai  – Cri tère  de  performance  

6. 1  Salve  I EC 61 000-4-4  2  kV (5/50  ns,  5  kHz)a  DS  

a  Pour l e  matérie l  d esti né  à  une  app l i cation  de  n i veau  S I L  3 ,  l a  du rée  de  l ’ essai  au  n i veau  l e  p l us  é l evé  doi t  être  
augmentée  d 'un  facteu r 5  par rapport  au  nombre  donné  dans  l a  norme fondamental e.  
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Tableau  8  – Plages  de  fréquences  des  émetteurs  mobi les  et  des  matériels  ISM  
pour l es  essais  avec des  champs  électromagnétiques  

Plage  de  
fréquences  

d ’ essai  
À ti tre  d ’ information  un iquement  

 

P lage  de  
fréquences  

d ’ essai  
À t i tre  d ’ i nformation  un iquement  

 

P l age  de  
fréquences  

  
  

P lage  de  
fréquences  

  

MHz MHz Service  
 

MHz MHz Service  

84, 000  83, 996  – 84, 004  I SM  
 

1  428  – 2  700  1  476  – 1  51 1  3 . 9G/LTE  

    
ISM (RU 
uniquement)   

suite 1  525  – 1  559    

1 37  – 1 74  1 37  – 1 74  Mobi l e  &  SRD  
 

  1  627  – 1  661    

  1 51 , 820  – 1 51 , 880  MURS  
 

  1  71 0  – 1  785    

  1 54, 570  – 1 54, 600  MURS  
 

  1  71 0  – 1  785  GSM  

  1 67, 992  – 1 68, 008  
I SM  (RU 
uniquement)   

    3G/UMTS  

21 9, 500  21 9  – 220  AMATEUR 
 

    3G/FOMA 

380  – 400  380  – 400  TÉTRA 
 

    3G/HSPA 

420  – 470  420  – 470  AMATEUR 
 

  1  805  – 1  880  GSM  

  433, 05  – 434, 79  I SM  
 

    3G/UMTS  

    
(Région 1  
uniquement)   

    3G/FOMA 

  450  – 470  4G/LTE-A 
 

    3G/HSPA 

698  – 960  698  – 894  3G/UMTS  
 

    3 . 9G/LTE  

    3 . 9G/LTE  
 

  1  900  – 2  025  3G/UMTS  

  746  – 845  TÉTRA 
 

    3G/FOMA 

  825  – 845  TÉTRA 
 

    3 . 9G/LTE  

  830  – 840  3G/FOMA 
 

  2  1 1 0  – 2  200  3G/UMTS  

  860  – 91 5  3. 9G/LTE  
 

    3G/FOMA 

  870  – 876  TÉTRA 
 

    3 . 9G/LTE  

  860  – 960  RFID  
 

  2  300  – 2  450  AMATEUR 

  886  – 906  I SM  
 

  2  400  – 2  500  I SM  

    (RU uniquement)  
 

  2  300  – 2  400  4G/LTE-A 

  880  – 91 5  GSM  
 

    3 . 9G/LTE  

    3G/FOMA 
 

  2  500  – 2  690  3 . 9G/LTE  

    3G/HSPA 
 

3  300  – 3  600  3  300  – 3  500  AMATEUR 

  91 5  – 921  NADC 
 

  3  400  – 3  600  4G/LTE-A 

  902  – 928  I SM  
 

5  1 50  – 5  925  5  1 50  – 5  350  H IPERLAN  

    
(Région 2 
uniquement)   

  5  470  – 5  725  H IPERLAN  

  925  – 960  GSM  
 

  5  650  – 5  925  AMATEUR 

    3G/HSPA 
 

  5  725  – 5  875  I SM  

1  240  – 1  300  1  240  – 1  300  AMATEUR 
 

  5  795  – 5  81 5  RTTT 

1  428  – 2  700  1  428  – 1  496  3. 9G/LTE  
    

    3G/HSPA 
    

    3 . 9G/LTE  
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Pour l es  bandes  de  fréquences  dans  l esquel l es  une  seu le  fréquence  d ’essai  est  i nd iquée  dans  l a  colonne  P lage  de  
fréquences  d ’essai ,  l ’ essai  doi t  être  effectué  à  cette  fréquence  un i quement.  S i  une  p l age  de  fréquences  est  i n d iquée  
dans  l a  co lonne  P l age  de  fréquences  d ’essai ,  cette  p l age  de  fréquences  doi t  être  échel onnée  avec u n  pas  de  1  %  de  l a  
fréquence  réel l e  au  maximum .  

NOTE  1  Pour l es  essais ,  l e  schéma de  modu lation  i nd i qué  dans  l a  norme fondamentale  est  app l i q ué.  D ’au tres  
paramètres  de  modu l ation  son t  possibles.  

NOTE  2  Pour p l us  d ’ i n formations  concernant  l ’ attri bu tion  des  fréquences  par rég ion ,  voi r l ’ I EC 61 000-2-5  ou  l es  
publ i cations  de  l ’U I T.  

 

Tableau  9  – Plages  de  fréquences  des  émetteurs  mobi les  et  des  matériels  ISM  
pour l es  essais  de  perturbations  RF  condu ites  

Fréquence d ’essai  À ti tre  d ’ information  un iquement  
P lage de  fréquences  

Objet  

MHz  MHz  

3, 39  

6 , 780  

3, 370  – 3 , 41 0  

6 , 765  – 6 , 795  

I SM  Pays-Bas  un i quement  

I SM  

1 3, 560  1 3, 553  – 1 3 , 567  I SM  

27, 1 20  26, 957  – 27, 283  I SM/CB/SRD  

40, 680  40, 66  – 40, 70  I SM/SRD  

 

8 Montage d ’essai  et phi losophie  des  essais  pour les  EUT possédant des  
fonctions  destinées  à  des  appl ications  de sécuri té  

8. 1  Essais  pour l es  systèmes  relati fs  à  l a  sécuri té  et le  matériel  destiné à  une  
u ti l isation  dans  des  systèmes relati fs  à  l a  sécuri té  

Un  système re lati f à  la  sécuri té  peu t comprendre  une  instal l ation  complexe  et étendue  et i l  
peu t aussi  être  constru i t  en  p lus ieurs  configurations.  L’essai  d ’ immun i té  de  te ls  systèmes  peut 
être  d i ffici le  à  réal iser dans  l a  prati que  au  moyen  des  d i fféren tes  normes  fondamentales  
i nd iquées  du  Tableau  2  au  Tableau  7 .  Ains i ,  l es  essais  d ’ immun i té  correspondants  doivent  
être  réal isés  de  préférence  au  n iveau  du  matérie l  comme décri t  en  8 . 2 .  

Dans  l e  cas  des  systèmes  re lati fs  à  l a  sécuri té  de  d imensions  phys iques  rédu i tes ,  l es  essais  
d ’ immun i té  peuvent être  appl i qués  au  système re lati f à  l a  sécuri té  complet,  te l  que  décri t  
en  8. 3.  S i  u ne  ph i l osoph ie  d ’essai  d i fféren te  est u ti l i sée,  cel l e-ci  doi t  être  décri te  dans  l e  p l an  
d ’essai  de  CEM  et des  j u sti fications  concernant son  u ti l i sation  doiven t être  fourn ies.  

8.2  Ph i losophie  des  essais  pour l e  matériel  u ti l i sé  dans  des  systèmes  relati fs  à  l a  
sécuri té  

Même s i  l a  sécuri té  fonctionnel le  exige  l e  fonctionnement correct du  système complet,  par 
exemple  comprenant des  capteurs ,  des  un i tés  l og iques  et des  actionneurs ,  i l  est possib le  de  
soumettre  aux essais  l es  d ispos i ti fs  i nd ividuel l ement.  Pour ce la,  l es  d ispos i ti fs  i nd ividuels  
destinés  à  être  u ti l i sés  dans  l a  m ise  en  œuvre  d 'un  système re lati f à  l a  sécuri té  doivent être  
su ffisamment spéci fiés.  Cette  spéci fication  comprend  l a  fonction  prévue  et l e  comportement 
adm is  en  cas  de  défa i l lance.  L 'obj ecti f des  essais  d ' immun i té  est de  prouver que  l a  
spéci fication  est respectée  pour les  phénomènes  é lectromagnétiques  pris  en  considération .  

Qu ’une  fonction  perturbée devienne  dangereuse  ou  non  n ’est pas  i den ti fié  parce  que  cela  
dépend  de  l a  fu ture  appl i cation  dans  l e  système re lati f à  l a  sécuri té.  L ’essai  doi t donc ind iquer 
l e  comportement de  l ’EUT.  Les  écarts  des  fonctions  non  perturbées  doivent être  détectables  
et  être  documentés  dans  l e  rapport  d ’essai .   
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Le  cri tère  de  performance DS  aj ou te  des  exigences  supplémenta ires  pour le  matérie l  qu i  est  
destiné  à  une  u ti l i sation  dans  des  appl ications  relati ves  à  la  sécuri té .  Dans  ce  cas,  l es  
cri tères  de  performance  en  fonctionnement normal  dans  l es  l im i tes  qu i  l eur son t associées  et 
l e  cri tère  de  performance DS  s ’appl i quent tous.  Les  cri tères  de  performance en  
fonctionnement normal  dans  l es  l im i tes  qu i  l eur son t associées  et l e  cri tère  de  performance  
DS  sont pris  en  cons idération  séparément.  L ’approche  générale  pour appl i quer l es  cri tères  de 
performance pour l es  d i fféren ts  types  de  fonctions  est présentée  dans  le  Tableau  1 0 .  

Tableau  1 0  – Cri tères  de  performance appl icables  et  comportement 
observé pendant l ’ essai  pour un  matériel  destiné à  une u ti l i sation  

dans  des  systèmes  relati fs  à  l a  sécuri té  

Fonction  destinée  à  une  appl ication  de  sécuri té  Fonction  non  destinée  à  une  appl ication  de  sécuri té  

Essai  normal  de  CEM  Essai  de  sécuri té  CEM  Essai  normal  de  CEM  Essai  de  sécuri té  CEM  

Cri tères  de  performance 
conformes  à  l a  norme de  

produ i t  appl icable  

-  A,  ou  

Cri tères  de  
performance  

DS  

 

Cri tères  de  performance  
conformes  à  l a  norme de  

produ i t appl icable  

-  A,  ou  

Sans  importance  

-  B  +  écarts  observés  
+  temps  de  
rétabl i ssement  à  
documenter,  ou  

 -  B ,  ou   

-  C  +  comportement 
observé,  détectable  
et  documenté  

 -  C   

NOTE  1  La  descripti on  des  cri tères  de  performance  A,  B  et  C  est  donnée  dans  l ’ I EC 61 326-1 .  

NOTE  2  Pou r p l us  d ’ i n formations  su r l es  effets  adm is  pendant  l es  essais  d ’ immun i té,  voi r l es  Tableaux C. 1  et  C. 2 .  

 

8.3  Ph i losophie  des  essais  pour l es  systèmes relati fs  à  l a  sécuri té  

L’EUT doi t  être  survei l l é  au  cours  de  l ’ essai  afi n  de  prouver que  sa  fonctionnal i té  est 
conforme à  l a  présente  norme.  Le  système de  survei l l ance  ne  doi t pas  être  affecté  par des  
perturbations  é lectromagnétiques  i ssues  de  l ’ essai  appl i qué.  

Pour un  système re lati f à  l a  sécuri té ,  ses  fonctions  et l es  états  de  sécuri té  poss ib les  son t 
spéci fiés .  L 'objecti f des  essais  d ' immun i té  est d ’ i nd iquer s i  l e  système complet  se  comporte  
comme cela  est spéci fi é  par l e  fabricant  et comme cela  est exigé  par l e  cri tère  de  
performance DS  (voi r Arti cle  6) .  

Les  cri tères  de  performance pour l a  sécuri té  fonctionnel l e  a j ou ten t des  exigences  
supplémentaires  pour l es  systèmes  re lati fs  à  l a  sécuri té.  Les  cri tères  de  performance  en  
fonctionnement normal  dans  les  l im i tes  qu i  leur sont associées  et l es  exigences  fonctionnel les  
pour l a  sécuri té  fonctionnel l e  son t pris  en  considération  séparément.  Le  Tableau  B. 2  présente  
l ’appl ication  des  cri tères  de  performance appl i cables  en  donnant des  exemples  d ’effets  
adm iss ibles  provoqués  par des  phénomènes  é lectromagnétiques  spéci fiques.  

8.4  Configuration  d ’essai  et  réal isation  de  l ’ essai  

La F igure  1  représente  une  configuration  type  d ’ un  montage  d ’essai  pour un  matérie l  destiné  
à  une  u ti l i sation  dans  un  système re lati f à  l a  sécuri té  soum is  à  l ’ essai  comme matérie l  
au tonome ou  système complet.  Dans  cette  configuration ,  l es  essais  d ’ immun i té  s ’appl i quent 
un iquement au  matérie l  pris  en  cons idération .  Les  au tres  d ispos i ti fs  u ti l i sés  pour activer l ’EUT 
pendant l ’ essai  sont protégés  con tre  toute  i n fl uence é lectromagnétique.  La  F igure  1  est  
également val ide  s i  un  système re lati f à  l a  sécuri té  peut être  soum is  à  l ’essai  comme un  
système complet.   
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La  F igure  2  représente  une  configuration  type  d ’ un  montage  d ’essai  pour un  matérie l  desti né  
à  une  u ti l i sation  dans  un  système re lati f à  l a  sécuri té  l orsqu ’ i l  est soum is  à  l ’essai  comme une  
partie  d ’un  système re lati f à  l a  sécuri té  représentati f.  Dans  cette  configuration ,  l es  essais  
d ’ immun i té  s ’appl iquent au  matériel  pris  en  cons idération .  Les  au tres  d ispos i ti fs  u ti l i sés  pour 
acti ver l ’EUT pendan t l ’ essai  son t protégés  con tre  tou te  i n fl uence  é lectromagnétique.  

S i  l ’EUT ne  consti tue  pas  un  système re lati f à  l a  sécuri té  complet,  i l  convient de  connecter l es  
accès  de  l ’EUT à  d ’au tres  é léments  s imu lan t  l e  système de  sécuri té  (capteurs/un i tés  
l og iques/actionneurs)  ou  à  d ’au tres  charges  s imu lan t l es  caractéristi ques  des  é léments  réels.  

L ’EUT doi t fonctionner avec l es  d isposi ti fs  d ’ un  système de  sécuri té  qu i  sont nécessaires  pour 
l a  fonction  de  l ’EUT et pour réa l iser l a  fonction  spéci fiée  de  l ’EUT destinée  à  des  appl ications  
de  sécuri té.  

Dans  l e  cas  de  combinaisons  de  matérie ls  activés  par des  l og icie ls  de  sécuri té  d ’ un i tés  
l og iques  conformément à  l ’ I EC 61 508,  l es  essais  d ’ immun i té  correspondants  doivent être  
appl iqués  à  une  combinaison  type  au  m in imum  dans  la  mesure  où  i l  est poss ib le  de  
démontrer l ’ immun i té  pour d ’au tres  combinaisons  par l e  b ia is  de  preuves  anal yti ques  
appropriées.  

Les  AE  qu i  sont nécessai res  à  la  fonction  de  l ’ EUT et à  l a  réal isation  de  l a  fonction  de  
sécuri té  pour des  appl i cations  de  sécuri té  doiven t être  montés  dans  un  environnement 
é lectromagnétique  protégé  (voi r F igure  1 ) .  Pendan t l ’essai ,  ces  AE  ne  doivent pas  être  
affectés  par des  pertu rbations  é lectromagnétiques.  

Les  accès  d ’en trée/sortie  perti nen ts  de  l ’EUT doivent être  connectés  aux accès  appropriés  
des  d ispos i ti fs  du  système relati f à  l a  sécuri té  qu i  sont nécessaires  à  l a  fonction  de  l ’EUT 
et/ou  pour réal iser l a  fonction  de  sécuri té  destinée  à  des  appl ications  de  sécuri té.  

Les  câbles  et l es  accès  d ’entrée/sortie  de  l ’EUT qu i  ne  sont pas  u ti l i sés  doiven t avoir des  
raccordements  conformes  à  l a  spéci fication  du  fabricant.  

Seu ls  les  câbles  spéci fiés  par l e  fabricant de  l ’EUT ou  du  système de  sécuri té  doivent être  
u ti l i sés  dans  l e  montage  d ’essai .  

S i  des  méthodes  d ’essai  normal isées  sont d ispon ibles  pour l es  l ia isons  de  commun ication  
u ti l i sées  pour l es  fonctions  de  sécuri té,  i l  est fortement recommandé de  l es  u ti l i ser (par 
exemple,  pour les  commun ications  par bus  de  terrain ,  voi r l ’ I EC 61 784-3).  

Les  fonctions  de  sécuri té  du  système relati f à  l a  sécuri té  doiven t être  soum ises  à  l ’essai  l es  
unes  après  l es  au tres  et dans  des  combinaisons  spéci fi ées.  Les  essais  d ’ immun i té  sont  
effectués  dans  l e  mode  statique  d ’ une  fonction  de  sécuri té,  par exemple  une  fonction  de  
sécuri té  est  acti vée  et l ’ essai  est  ensu i te  réal isé.   

L ’appl ication  des  essais  d ’ immun i té  au  cours  des  instances  d ’activation  ou  de  désactivation  
des  fonctions  de  sécuri té  n ’est pas  exigée,  mais  le  fabricant peu t a j ou ter ces  essais  au  p lan  
d ’essai .  

8.5  Survei l lance  

Dans  l a  mesure  du  poss ib le,  l e  système de  survei l l ance  ne  doi t  pas  in fluencer le  
comportement de  l ’EUT.  S i  ce la  n ’est pas  possible,  l ’é tendue  de  l ’ i n fl uence doi t être  
documentée.  En  aucun  cas,  l es  fonctions  re lati ves  à  l a  sécuri té  de  l ’EUT ne  doiven t être  
affectées  par l e  système de  survei l l ance.  

Le  système de  sécuri té  doi t  observer,  l e  cas  échéant:  
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•  l a  commun ication  des  données  entre  l ’EUT et l es  d ispos i ti fs  qu i  sont nécessai res  à  l a  
fonction  de  l ’EUT et à  l a  réa l isation  de  l a  fonction  desti née  à  d es  appl ications  de  sécuri té ;  
et  

•  l ’ état  des  sorties  dont les  fonctions  sont destinées  à  des  appl ications  de  sécuri té.  

9  Résul tats  d ’essai  et rapport d ’essai  

Les  résu l tats  d ’essai  doiven t être  documentés  dans  un  rapport d ’essai  su ffisamment détai l lé  
pour permettre  la  reproductib i l i té  des  essais.  

Le  rapport d ’essai  do i t conten ir au  m in imum  les  i n formations  su ivan tes :  

– l a  description  de  l ’EUT;  

– l es  en ti tés  spéci fi ées  dans  l e  p l an  d ’essai ;  

– l es  données  et l es  résu l tats  d ’essai ;  

– l e  matérie l  et l e  mon tage  d ’essai ;  

– l e  comportement observé  pendant l ’ essai .  

 

Légende  

A EUT:  système  re lati f à  l a  sécuri té  en  essai  

C  poin t  de  m ise  à  l a  terre  pou r l e (s)  câbl e(s)  b l i n dé(s)  (s i  exi gé  par l e  fabricant)  

D  réseau(x)  de  découpl age  à  l ’ i n terface  en tre  l ’EUT et  l ’ envi ronnement  é l ectromagnéti quement 
  découplé  

E  poin t  de  m ise  à  l a  terre  de  l ’EUT (s i  exi gé  par l e  fabricant)  

G  pl an  de  masse  

M  système de  su rvei l l ance  

P  câble(s)  de  su rvei l l ance  bl i n dé(s)  ( tou te  fonction  nécessai re  e t  tou tes  l es  fonctions  relati ves  à  l a  sécuri té)  

K support  i solant  

T  raccordements  aux accès  de  l ’ EUT (m is  à  l a  terre  s i  ce la  est  exi gé  par l e  fabricant)  

U  câble(s)  de  survei l l ance  non  b l i n dé(s)  ( tou te  fonction  nécessai re  et  tou tes  l es  foncti ons  re lati ves  à  l a  
sécuri té)  

X envi ronnement é l ectromagnéti quement  découplé  

Figure 1  – Montage  d ’essai  type pour un  matériel  destiné  à  une  u ti l i sation  
dans  un  système relati f à  l a  sécuri té,  soumis  à  l ’ essai  comme matériel  

autonome ou  système complet  
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Légende  

A EUT:  parti e  d u  système  rel ati f à  l a  sécuri té  en  essai  

B  parti e  du  système re lati f à  l a  sécuri té  non  soum ise  à  l ’ essai  e t  d i sposi ti fs  auxi l i a i res  

C  poin t  de  m ise  à  l a  terre  pou r l e (s)  câbl e(s)  b l i n dé(s)  (s i  exi gé  par l e  fabrican t)  

D  réseau(x)  de  découpl age  à  l ’ i n terface  en tre  l ’EUT et  l ’ envi ronnement é l ectromagnéti quement  
  découplé  

E  poin t  de  m ise  à  l a  terre  de  l ’EUT (s i  exi gé  par l e  fabricant)  

G  pl an  de  masse  

M  système  de  su rvei l l ance  

P  câble(s)  de  su rvei l l ance  b l i ndé(s)  (pour tou te  fonction  nécessai re  et  tou tes  l es  fonctions  re l ati ves  à  l a  
sécuri té)  

K support  i solant  

S  sorti e  d u  système  relati f à  l a  sécuri té  – su rvei l l ée  

T raccordements  aux accès  de  l ’ EUT (m is  à  l a  terre  s i  ce la  est  exi gé  par l e  fabricant)  

U  câble(s)  de  su rvei l l ance  non  bl i ndé(s)  (tou te  fonction  nécessai re  et  tou tes  l es  foncti ons  re lati ves  à  l a  
sécuri té)  

X envi ronnement  é l ectromagnéti quement découplé  

Figure 2  – Montage  d ’essai  type pour un  matériel  destiné  à  une  u ti l i sation  
dans  un  système relati f à  l a  sécuri té  et in tégré dans  un  système relati f 

à  l a  sécuri té  représentati f en  cours  d ’essai  
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Annexe A 
(in formative)  

 
Approches  relatives  à  la  manière  d ’appl iquer la  série  IEC 61 326-3  

I l  existe  deux approches  fondamentales  pour appréhender l es  environnements  
é lectromagnétiques  et pour établ i r l es  exigences  d ’ immun i té.  

a)  Prendre  en  cons idération  un  envi ronnement é lectromagnétique  général  sans  restrictions  
spéci fiques  (par exemple,  u n  environnement i ndustrie l )  et prendre  en  compte  tous  l es  
phénomènes  électromagnéti ques  qu i  peuven t surven i r,  a i ns i  q ue  l eurs  ampl i tudes  
maximales  dans  l a  déduction  des  n i veaux d ’ immun i té  appropriés  du  système et d u  
matérie l .  Cette  approche a  été  su ivie  dans  l e  présent  document pour déterm iner l es  
n i veaux spéci fi és,  ce  qu i  condu i t à  des  n i veaux d ' immun i té  augmentés  pour certa ins  
phénomènes  é lectromagnétiques  par rapport aux n i veaux d ' immun i té  qu i  son t dédu i ts  
hors  des  cons idérations  de  sécuri té  fonctionnel le .  

b)  Contrôler l ’ environnement é lectromagnétique,  par exemple  par l ’appl ication  d ’ i nsta l lations  
particu l i ères  et des  pratiques  d ’atténuation ,  de  sorte  que  les  phénomènes  
é lectromagnétiques  et l eurs  ampl i tudes  pu issent  un iquement surven i r dans  une  certaine  
mesure.  Ces  phénomènes  et l es  ampl i tudes  atténuées  son t a lors  pris  en  compte  par l es  
n i veaux d ’ immun i té  appropriés.  Ces  n iveaux ne  son t pas  nécessairement p lus  é levés  que  
ceux qu i  sont dédu i ts  hors  des  cons idérations  de  sécuri té  fonctionnel le  parce  qu ' i l  est 
garanti  par des  moyens  correspondants  qu ’aucune  ampl i tude  p lus  é levée n ’est  
normalement envisagée.  Cette  approche est  étud iée  dans  l ’ I EC 61 326-3-2 .  

L ’appl ication  de  l ’ approche (a)  concernant un  environnement i ndustriel  général  exige  des  
connaissances  appropriées  sur l es  phénomènes  électromagnétiques  et l eurs  ampl i tudes  à  
prévoi r.  À cet effet,  l es  données  relati ves  à  l ’ envi ronnement é lectromagnétique  de  
l ’ I EC 61 000-2-5  doiven t être  u ti l i sées.  Ces  données  donnen t des  i n formations  su r l es  
phénomènes  é lectromagnétiques  à  prévoi r et décrivent leurs  ampl i tudes  en  termes  de  
n i veaux de  compatib i l i té .  Étant donné  que  ces  n i veaux peuven t être  considérés  comme des  
n i veaux de  perturbation  auxquels  i l  convien t qu ’une  compatib i l i té  é lectromagnétique  
acceptable  existe,  ces  n i veaux son t u ti l i sés  comme base  pour l es  exigences  d ’ immun i té  
normale,  te l  qu ’ i nd iqué  dans  l es  normes  non  re lati ves  à  l a  sécuri té  te l l es  que  l ’ I EC 61 326-1 ,  
l ’ I EC 61 326-2-X ou  l a  norme générique  I EC  61 000-6-2.  Cette  approche normale  appl i quée  
pour obten i r une  compatib i l i té  é l ectromagnétique  est basée su r un  comprom is  
techn ique/économ ique  au torisant un  certain  nombre  de  cas  d ’ in terférences  nu is ib les .  
Cependant,  cette  approche ne  suffi t  pas  pour l es  systèmes  re lati fs  à  l a  sécuri té  et l es  
matérie ls  qu i  y son t u ti l i sés.  Les  n i veaux d ’ immun i té  doiven t être  déterm inés  en  tenan t  
compte  de  tous  les  phénomènes  é lectromagnétiques  et des  n i veaux maximaux à  prévoir dans  
l ’envi ronnement é lectromagnétique  à  l ’ étude.  Par conséquent,  pour de  nombreux 
phénomènes  é lectromagnétiques,  ces  n i veaux son t augmentés  par rapport  aux n i veaux 
normaux.  

En  su ivant  l ’approche (a) ,  le  présent  document spéci fie  des  exigences  spéci fi ques  d ’ immun i té  
é lectromagnétique  appl icables  aux systèmes  re lati fs  à  l a  sécuri té  et aux matérie ls  desti nés  à  
être  u ti l i sés  dans  ces  systèmes.  Ces  exigences  complèten t certa ines  exigences  de  
l ’ I EC 61 326-1 ,  et l es  phénomènes  électromagnétiques  sélectionnés  ains i  que  l es  n i veaux 
d ’essai  d ’ immun i té  défin is  sont prévus  pour être  en  adéquation  avec l es  cond i tions  
d ’environnement de  l a  p l upart des  appl ications  i ndustrie l l es.  

La  corré lation  en tre  l es  normes  I EC 61 326-1 ,  I EC 61 326-2-X,  I EC  61 326-3-1  et  
I EC 61 326-3-2  est  décri te  dans  le  d iagramme de  l a  F igure  A. 1 .  

Les  n i veaux d ’essai  augmentés  spéci fi és  dans  l e  présen t document son t dédu i ts  des  n i veaux 
l es  p lus  é levés  prévus  dans  l ’environnement de  l a  p lupart des  appl ications  industriel l es .  Ces  
n i veaux d ’essai  augmentés  son t l i és  à  l ’ envi ronnement é lectromagnétique  (qu i  peu t exister) .  
I l s  ne  peuvent pas  être  l i és  d ’ un  poin t  de  vue  analytique  au  S IL  exigé  pour l e  système re lati f à  
l a  sécuri té  du  fa i t  de  l ’ absence de  re lation  réel le  prouvée entre  le  n i veau  d ’essai  et  l a  
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probabi l i té  de  défa i l l ance  en  cours  d ’exploi tation .  Les  i n fl uences  des  phénomènes  
é lectromagnétiques  sont  considérées  comme des  effets  systématiques  et par l eur nature,  
souvent comme produ isant  des  évènements  de  cause  commune.  

La  conception  du  matériel  doi t prendre  en  compte  l e  SI L  exigé  et doi t empêcher les  
défai l l ances  systématiques  dangereuses.  Une  immun i té  suffisan te  aux perturbations  
é lectromagnétiques  ne  peu t être  garan tie  que  par des  techn iques  de  conception ,  
d ’atténuation  et de  construction  qu i  prennen t en  compte  l es  aspects  électromagnétiques,  mais  
qu i  cependant ne  re lèven t pas  du  domaine  d ’appl ication  du  présent  document.  

Par conséquent,  i l  convien t de  fonder l ’approche  su ivie  pour obten ir l a  capaci té  re lative  au  
SI L  exigé,  sur l ’adoption  de  caractéristi ques  de  conception  d ’ une  part et,  d ’autre  part,  sur l a  
réal isation  d ’essais  paramétriques  appropriés  afi n  de  renforcer le  n iveau  de  confiance  dans  
l es  résu l tats  d ’essai .  

 



I EC 61 326-3-1 : 201 7  © I EC 201 7  – 71  –  

 

NOTE  Ce  d iag ramme n ’est  pas  desti né  à  fou rn i r des  exi gences  concernant l a  séquence  d ’ essais .  

Figure  A. 1  – Corrélation  entre  l es  normes  IEC  61 326-1 ,  IEC  61 326-2-x,  
IEC  61 326-3-1  et  IEC  61 326-3-2  
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Annexe B  
(in formative)  

 
Évaluation  des  phénomènes  électromagnétiques  

La  re lation  en tre  la  CEM  et l a  sécuri té  exige  une  atten tion  particu l i ère  parce  que  l es  
conséquences  des  défai l l ances  de  sécuri té  peuvent être  g raves.  Les  exigences  CEM  pour l e  
matérie l  et l es  systèmes  re lati fs  à  l a  sécuri té  peuven t seu lement être  fondées  sur une  anal yse  
ri goureuse  menée  par l es  parties  impl iquées.  Certa ines  normes  ou  spéci fi cations  techn iques  
et rapports  techn iques  I EC,  comme l ’ I EC  61 508  et  l ’ I EC  61 000-1 -2,  tra i ten t  des  aspects  CEM  
et  de  sécuri té  fonctionnel le,  mais  chacune se  réfère  à  l ’ I EC  TR 61 000-2-5.  

Conformément à  l ’ I EC  61 508,  l e  bu t des  exigences  appl icables  à  l a  sécuri té  fonctionnel le  
assurée  par des  systèmes  E/E/PE  est de  l im i ter l a  probabi l i té  maximale  de  défai l l ances  
dangereuses  d ’une  fonction  de  sécuri té  à  une  valeur donnée par l e  S I L.  Ce la  s i gn i fie  que  le  
système E/E/PE  doi t accompl i r l a  fonction  prévue  avec une  probabi l i té  supérieure  à  l a  va leur 
dédu i te  à  parti r du  SI L  ou ,  en  cas  de  panne,  accompl i r u ne  fonction  défin ie  de  réaction  à  la  
panne.  Pour atte indre  ce  bu t,  l ’ I EC  61 508  exige  l ’ appl ication  de  techn iques  et mesures  
spéci fiques  pour empêcher l es  défa i l l ances  ou  pour main ten i r sous  con trôle  les  pannes  qu i  
peuvent apparaître  pendant l ’ exploi tation  du  système.  Ces  exigences  concernent  toutes  l es  
sources  possib les  qu i  peuvent provoquer une  défa i l l ance.  L ’ I EC  61 508  fai t  référence à  l a  
série  I EC  61 000  en  ce  qu i  concerne  la  CEM  et requ iert l a  rédaction  d ’ une  spéci fication  CEM  
par l es  parties  impl i quées.  La  spéci fi cation  CEM  doi t  être  basée sur  
l ’ I EC TR 61 000-2-5.  Les  phénomènes  é lectromagnétiques  b ien  connus  son t décri ts  dans  
l ’ I EC TR 61 000-2-5  pour d i fférents  envi ronnements.  La  sé lection  des  phénomènes  pertinents  
et  des  n i veaux d ’essai  appropriés  est  du  ressort des  parties  impl i quées.  

Les  aspects  de  sécuri té  ne  son t pas  couverts  par l es  exigences  CEM  pour l ’u ti l i sation  
normale.  Alors  que  l es  exigences  CEM  pour l ’ u ti l i sation  normale  comme,  par exemple,  cel les  
défin ies  dans  l ’ I EC  61 000-6-2 ,  ont pour bu t de  contribuer à  un  fonctionnement su ffisan t dans  
des  cond i tions  normales,  l e  bu t des  exigences  de  sécuri té  est  de  garanti r l a  sécuri té  du  
matérie l  ou  du  matérie l  commandé.  

L’approche class ique  pour dédu ire  l es  n i veaux d ’ immun i té  dans  le  domaine  de  la  CEM  peu t 
être  démontrée  au  moyen  de  l a  F igure  B . 1  (pour de  pl us  amples  i n formations,  voi r  
l ’ I EC TR 61 000-1 -1  et l ’ I EC  TR 61 000-2-5) .  Cette  F igure  représen te  l a  dens i té  de  probabi l i té  
d 'appari tion  de  perturbations  é lectromagnétiques  résu l tan t des  ém issions  de  sources  
ind ividuel les  condu isant à  un  n i veau  de  perturbation  é lectromagnétique  (courbe  de  gauche  
dans  l e  d iagramme).  
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Figure B. 1  – N iveaux d ’émission/immun ité  et n iveau  de  compatibi l i té,  avec un  exemple  
de  n iveaux d ’émission /immunité  pour un  émetteur et suscepteur un ique,  en  fonction  de  

certaines  variables  indépendantes  (voi r I EC  TR 61 000-1 -1 )  

La courbe  ad jacente  à  cel l e  susmentionnée représente  l e  comportement d ' immun i té  du  
matérie l  vis-à-vis  des  perturbations  é lectromagnétiques.  Les  n iveaux d ' immun i té  son t  
normalement donnés  sous  l a  forme de  va leurs  quanti tati ves  d iscrètes.  Néanmoins,  l e  
comportement d ’ immun i té  du  matérie l  su i t une  courbe  de  probabi l i té.  Cette  courbe  reflète  l e  
fai t  q ue  souvent l e  matériel  peu t avoi r une  immun i té  supérieure  à  ce l l e  exigée  (normalement,  
l ' immun i té  est seu lement soum ise  à  l ’ essai  par rapport au  n i veau  exigé  et  non  au -delà  de  ce 
n i veau),  mais  aussi  une  variation  de  l ’ immun i té  réel le  due  aux incerti tudes,  te l l es  que  l es  
to lérances  dans  l e  matériel  l u i -même,  dans  le  procédé  de  fabrication  du  matérie l ,  ou  aux  
i ncerti tudes  dues  au  matérie l  d 'essai  et  à  l a  réal isation  de  l 'essai .  

Afi n  de  permettre  une  description  quan ti tati ve  d ’ une  te l le  s i tuation  d ’ i n terférence poten tie l l e,  
un  n i veau  de  compatib i l i té  est i n trodu i t  et  chois i  comme une  sorte  de  n i veau  de  référence  
pour l a  description  des  perturbations.  Les  n i veaux de  compatib i l i té  pour d i fférents  
phénomènes  é lectromagnétiques  sont donnés  dans  l ’ I EC  TR 61 000-2-5,  par exemple,  et i l s  
peuvent être  u ti l i sés  comme poin t de  départ pour établ i r des  n i veaux d ’ immun i té.  B ien  sûr,  
ces  valeurs  réel les  dépendent fortement des  envi ronnements  électromagnétiques  à  l ’ étude.  
Ains i ,  l a  CEM  peu t être  obtenue  seu lement s i  l es  n i veaux d ’ém ission  et d ’ immun i té  son t sous  
con trôle  de  sorte  qu ’en  tout emplacement,  l e  n i veau  de  perturbation  résu l tan t d ’ém iss ions  
cumu lées  est suffisamment i n férieur au  n i veau  d ’ immun i té  de  chaque  d i spos i ti f,  matérie l  et 
système si tué  au  même emplacement.  I l  convient cependant de  noter que  l es  n i veaux de  
compatib i l i té  peuvent dépendre  du  phénomène,  du  temps  et  de  l ’ emplacement.  

À parti r de  la  forme des  courbes  de  l a  F igure  B . 1 ,  i l  peut être  conclu  qu ’une  marge  croissante  
en tre  le  n iveau  de  compatib i l i té  et l e  n iveau  d ’ immun i té  appl i qué  condu i t à  rédu ire  la  
probabi l i té  d ’appari ti on  de  s i tuations  d ’ i n terférence et  donc à  une  mei l l eu re  immun i té  et au  
final  à  un  «mei l l eur»  état  de  CEM .  Ains i ,  pour l a  p l upart  des  phénomènes  é lectromagnétiques  
à  prendre  en  cons idération ,  l es  n i veaux d ’essai  d ’ immun i té  à  u ti l i ser son t augmentés  par 
rapport  à  ceux u ti l i sés  pour l a  CEM  normale.  
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En  prati que,  l es  n iveaux d ’ immun i té  ayan t strictement pour obj et l a  CEM  son t fixés  de  sorte  
que  l e  recouvrement poten tie l  en tre  l a  surface  i nd iquan t l es  n i veaux de  perturbation  et cel l e  
i nd iquant l es  n i veaux d ’ immun i té  est  de  l ’ ordre  de  quelques  pourcents  ( typiquement 5  %  sur 
l a  F igure  B. 1 )  de  ces  surfaces.  Cette  approche  représente  un  comprom is  
techn ique/économ ique  et e l l e  tolère  l a  possib i l i té  que  dans  certa ins  cas,  l es  n iveaux 
d ’ immun i té  spéci fiés  ne  son t pas  su ffisamment é levés  pour empêcher une  i n terférence.  Le  
recouvrement de  5  %  ne  s i gn i fie  pas  nécessairement qu ' i l  y a  in terférence dans  5  %  des  
i nsta l l ations  dans  l esquel les  ces  composants  son t u ti l i sés.  La  probabi l i té  d ’ in terférence  
résu l tan te  est normalement b ien  in férieure,  comme cela  est expl i qué  à  l ’Article  A. 6  de  
l ’ I EC TR 61 000-1 -1 .  

Les  courbes  de  l a  F igure  B. 1  représentent  l e  comportement majeur de  l a  probabi l i té  des  
n i veaux de  perturbation  et du  n iveau  d ’ immun i té  du  matérie l ,  l es  p lages  des  n i veaux de  
p lan i fication  et l es  n iveaux d ’essai  d ’ immun i té  a i ns i  que  l a  pos i tion  du  n i veau  de  compatib i l i té .  
Ces  courbes  dépendent du  phénomène,  du  temps  et/ou  de  l ’emplacement.  Ains i ,  une  
connaissance  potentie l le  de  te l l es  courbes  de  dens i té  de  probabi l i té  pour un  phénomène  
particu l i er dans  une  i nsta l l ation  donnée ne  peu t pas  être  transférée  à  tou t au tre  phénomène  
é lectromagnétique  et tou te  au tre  insta l l ation .  

Les  connaissances  réel l es  de  te l les  courbes  de  probabi l i té  sont  relati vement fa ib les  pour l a  
p lupart des  phénomènes  é lectromagnétiques.  En  effet,  des  i n formations  détai l l ées  sont 
d ispon ibles  seu lement pour quelques  phénomènes  (par exemple  pour la  protection  contre  l a  
foudre  et l e  domaine  des  ondes  de  choc).  Mais  dans  ces  cas- là  aussi ,  des  connaissances  
existen t p lus  ou  moins  pour le  phénomène  l u i -même (dans  l e  cas  de  la  foudre  par des  
courbes  isokéraun iques)  et  pas  au tant en  ce  qu i  concerne  les  con train tes  i ndu i tes  dans  l e  
matérie l  par ces  phénomènes.  

Même dans  l e  cas  de  courbes  de  probabi l i té  re lati vement b ien  connues,  i l  peu t être  prévu  que  
l es  dens i tés  de  probabi l i té  son t b ien  établ ies  dans  l es  domaines  dans  l esquels  l eurs  valeurs  
atte ignent un  peti t  pourcen tage  ou  p lus ieurs  d i za ines  de  pourcents.  Cela  ne  peut cependant 
être  considéré  comme su ffisan t lorsque  les  exigences  de  probabi l i té  te l l es  que  cel les  défin ies  
dans  l es  S I L  sont prises  en  cons idération .  

Dans  l e  domaine  de  l a  sécuri té,  l es  i ngén ieurs  des  systèmes  relati fs  à  l a  sécuri té  doiven t 
prendre  en  compte  des  probabi l i tés  de  défa i l l ances  dangereuses  de  1 0 -5  à  1 0 -9  par heure,  ou  
des  probabi l i tés  de  défai l lances  dangereuses  en  cas  de  sol l ici tation  de  1 0 -5 ,  ce  qu i  est b ien  
é lo igné  de  tou tes  l es  données  de  probabi l i té  fi ables  concernant à  l a  fo is  l ’appari tion  de  
perturbations  é lectromagnétiques  et  l ’ appari tion  des  n i veaux l i és  à  ces  perturbations.  

À parti r de  ces  cond i tions  l im i tes,  i l  peut être  conclu  que,  dans  l a  p l upart des  cas,  i l  n ’ existera  
pas  de  chem inement fiable,  éviden t et probant pour trouver une  corrélation  cla i re  entre  l e  
n iveau  de  compatib i l i té  des  perturbations  dans  une  instal l ation  et l e  n i veau  d ’ immun i té  d ’ une  
en ti té  de  matérie l  à  instal ler dans  un  système re lati f à  l a  sécuri té .  

La  seu le  voie  pratique  pour dédu i re  les  n i veaux d ’ immun i té  appropriés  semble  être  
l ’évaluation  de  l ’ envi ronnement é lectromagnétique  particu l ier dans  lequel  l e  système re lati f à  
l a  sécuri té  est destiné  à  fonctionner et  de  déterm iner l es  n i veaux d ’ immun i té  au  moyen  
d ’arguments  techn iques.  Les  n iveaux de  compatib i l i té  te ls  que  donnés  dans   
l ’ I EC TR 61 000-2-5  peuvent être  u ti l i sés  comme base  pour déterm iner l ’ immuni té  exigée .   
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Le  Tableau  B . 1  présente  une  proposi ti on  d ’approche prenant en  compte  l es  connaissances  
des  experts  en  CEM  et en  sécuri té  fonctionnel l e  pour évi ter une  spéci fication  de  cas  le  p lus  
défavorable  dans  ce  domaine.  La  colonne  «N iveau  d ’essai  d i fféren t pour l es  fonctions  de  
l ’EUT desti nées  à  des  appl ications  de  sécuri té»  donne  des  i n formations  sur l a  re lation  en tre  
ces  n i veaux d ’essai  et  les  n i veaux d ’essai  pour les  fonctions  normales.  E l les  son t 
déterm inées  par mu l tip l i cation  des  n iveaux d ’essai  pour l es  fonctions  normales  ( i ssues  par 
exemple  de  l ’ I EC  61 326-1  pour l es  s i tes  i ndustrie ls)  par un  facteur donné  ou  bien  en  
appl iquan t l e  n i veau  d ’essai  imméd iatement supérieur donné  dans  la  norme fondamentale  à  
l ’étude.  Dans  l es  deux cas,  cette  conclus ion  su r l es  n iveaux d ’essai  pour l es  fonctions  de  
sécuri té  est fondée sur l es  n i veaux décri ts  dans  l ’ I EC  TR 61 000-2-5  en  accord  avec l es  
arguments  d ’ ingén ierie.  

Tableau  B.1  – Considérations  ayant  valeur d ’exemple  sur l es  phénomènes  
électromagnétiques  et l es  n iveaux d ’essai  par rapport  à  l a  sécuri té  fonctionnel le  

dans  des  appl ications  industriel les  

N°  Phénomène  Norme 
fondamentale  

N iveau  d ’ essai  
d i fféren t pour l es  
fonctions  de  l ’EUT 
destinées  à  des  
appl ications  de  

sécuri té  

Commentai res  

1  Décharge  
électrostati que  
(DES)  

I EC 61 000-4-2  Ou i  
en  parti e  l e  n i veau  
su ivan t de  
l ’ I EC 61 000-4-2  

Les  n i veaux doi ven t être  appl i qués  en  accord  
avec l es  cond i ti ons  d ’ envi ronnement décri tes  
dans  l ’ I EC 61 000-4-2 ,  su r l es  parti es  qu i  
peuvent  être  accessib les  à  des  personnes  
au tres  que  l e  personnel  travai l l an t  
conformément  aux procédu res  défi n ies  pou r l e  
contrôl e  d es  DES   

Non  Accès  au  matériel  l im i té  un iquement  au  
personnel  spécia lement formé  

2  Champ 
électromagnéti que  

I EC 61 000-4-3  Ou i  
Facteurs  2  à  3  

Un  n i veau  augmenté  doi t  être  appl i qué  dans  l es  
p l ages  de  fréquences  u ti l i sées  en  général  pou r 
l es  émetteurs  mobi l es,  sauf quand  des  
mesures  fi ables  son t effectuées  pour empêcher 
l ’ u ti l i sation  de  tel s  matérie l s  à  proxim i té.  Les  
fréquences  I SM  doi vent  être  pri ses  en  compte  
su r une  base  i nd i vi due l l e  

3  Salve  I EC 61 000-4-4  Ou i  
Facteurs  1 , 5  à  2  

 

4  Onde  de  choc I EC 61 000-4-5  Ou i   
Facteurs  1  à  2  

Les  d i spos i ti fs  de  protection  externes  sont  
adm is  pour atteindre  l ' immun i té  exi gée  

5  Pertu rbati ons  RF  
condu i tes  

I EC 61 000-4-6  Ou i   
Facteur 3  

Un  n i veau  augmenté  doi t  être  appl i qué  dans  l es  
p l ages  de  fréquences  u ti l i sées  en  général  pou r 
l es  émetteurs  mobi l es,  sauf quand  des  
mesures  fi ables  son t effectuées  pour empêcher 
l ’ u ti l i sation  de  te l s  matérie l s  à  proxim i té.  Les  
fréquences  I SM  doi vent  être  pri ses  en  compte  
su r une  base  i nd i vi due l l e  

6  Champ magnéti que  
à  l a  fréquence  d u  
réseau  

I EC 61 000-4-8  Non  Appl i cation  conformément  aux exceptions  
communes  données  dans  l a  norme  généri que  

En  général ,  pas  de  marge  de  sécuri té.  Une  
marge  de  sécu ri té  peu t être  nécessai re  dans  un  
envi ronnement  te l  que  défi n i  dans   
l ’ I EC 61 000-6-5  ou  s im i l a i re,  comme un  poste  
de  tri age  i ndustrie l  

7  Creux de  tension   I EC  61 000-4-1 1  Non  À anal yser au  cas  par cas  (creux de  tension ,  
coupu res,  variati ons  de  tension ).  Les  variati ons  
de  tension  sont  considérées  comme étan t d es  
aspects  fonctionnels  et  non  l i ées  à  l a  CEM  

8  Coupures  brèves  I EC 61 000-4-1 1  Non  À anal yser au  cas  par cas  (creux de  tens ion ,  
coupu re,  vari ati ons  de  tens ion ).  Les  variati ons  
de  tension  sont  considérées  comme étan t d es  
aspects  fonctionnels  et  non  l i ées  à  l a  CEM  
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N°  Phénomène  Norme 
fondamentale  

N iveau  d ’ essai  
d i fféren t pour l es  
fonctions  de  l ’EUT 
destinées  à  des  
appl ications  de  

sécuri té  

Commentai res  

9  Tension  condu i te  
en  mode  commun  

I EC 61 000-4-1 6  Ou i  Ou i ,  mais  un iquement  l es  phénomènes  de  
fréquences  de  réseaux de  courte  du rée.  
L im i tée  à  l a  tens ion  assignée  de  l ’ a l imentation  
é l ectri que  

1 0  Creux de  tension   I EC  61 000-4-29  Non  À anal yser au  cas  par cas  (creux de  tens ion ,  
coupu res,  variati ons  de  tension ).  Les  variati ons  
de  tension  sont  considérées  comme étan t d es  
aspects  fonctionnels  et  non  l i ées  à  l a  CEM  

1 1  Coupures  brèves   I EC 61 000-4-29  Non  À anal yser au  cas  par cas  (creux de  tens ion ,  
coupu res,  variati ons  de  tension ).  Les  variati ons  
de  tension  sont  considérées  comme étan t d es  
aspects  fonctionnels  et  non  l i ées  à  l a  CEM  

1 2  Creux de  tension  I EC 61 000-4-34  Non  À anal yser au  cas  par cas  (creux de  tensi on ,  
coupu res,  vari ati ons  de  tension ).  Les  variati ons  
de  tensi on  sont  cons idérées  comme étan t des  
aspects  fonctionnels  et  non  l i ées  à  l a  CEM  

1 3  Coupures  brèves  I EC 61 000-4-34  Non  À anal yser au  cas  par cas  (creux de  tensi on ,  
coupu res,  vari ati ons  de  tension).  Les  variati ons  
de  tensi on  sont  considérées  comme étan t des  
aspects  fonctionnels  et  non  l i ées  à  l a  CEM  
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Annexe C  
(in formative)  

 
Effets  admis  pendant les  essais  d ’ immuni té  

Les  Tableaux C. 1  et  C. 2  su ivan ts  donnent une  vue  d ’ensemble  des  effets  adm is  pendant l es  
essais  d ’ immun i té  pour d i fférentes  fonctions,  c’est-à-d i re  des  fonctions  desti nées  à  des  
appl ications  de  sécuri té  et  des  fonctions  qu i  ne  son t pas  desti nées  à  des  fonctions  de  
sécuri té .  L ’appari tion  de  hu i t  effets  poss ib les  est  envisagée.  Le  Tableau  C. 1  est  relati f à  l a  
s i tuation  dans  laquel l e  l e  matérie l  est pris  en  considération  et l e  Tableau  C. 2  est re lati f à  l a  
s i tuation  dans  l aquel le  tout le  système relati f à  l a  sécuri té  est  pris  en  cons idération .  

Ces  tableaux présentent l a  ph i losoph ie  su ivie  dans  l e  présent  document pour déterm iner les  
effets  adm is  pendant  l es  essais .  Ces  effets  dépendent des  considérations  su ivantes :  

•  type  de  fonction  (fonction  destinée  à  une  appl ication  de  sécuri té  ou  foncti on  qu i  n ’est pas  
destinée  à  une  appl ication  de  sécuri té) ;  e t  

•  type  d ’essai  (essai  CEM  normal  ou  essai  de  sécuri té  CEM).  
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Tableau  C .1  – Effets  admis  pendant l es  essais  d ’ immunité  sur des  fonctions  d ’un  matériel  (1  de 2)  

 Fonctions  destinées  à  des  appl ications  de  sécuri té  Fonctions  non  destinées  à  des  appl ications  de  
sécuri té  

 Niveau  d ’ essai  CEM  normal  N iveau  d ’ essai  de  sécuri té  CEM  N iveau  d ’essai  CEM  normal  

N °  
Effet pendant l ’ i n terférence  

Phénomène EM  
continu  

Phénomène EM  
transi toi re  

Phénomène EM  
continu  

Phénomène EM  
transi toi re  

Phénomène EM  
continu  

Phénomène EM  
transi toi re  de  
courte  durée  

Phénomène EM  
transi toi re  de  
longue durée  

1  Fonction  non  pertu rbée  Tou jours  admis  Tou jours  admis  Tou jours  admis  Tou jours  admis  Tou jours  admis  Tou jours  admis  Tou jours  admis  

2  Dég radation  temporai re  
reproductibl e  des  performances,  
l a  dégradati on  est  documentée  
( l a  d ég radation  n ’ est  pas  
nécessai rement  détectable  par un  
d iagnosti c  au tomatique)  

Admis  un iquement 
dans  l es  l im i tes  
spéci fiées  

Admis  Admis  Admis  Admis  
un iquement dans  
l es  l im i tes  
spéci fiées  

Admis  et  ne  
nécessi te  pas  
d ’être  
documenté  

Admis  et ne  
nécessi te  pas  
d ’ être  
documenté  

3  Perte  temporai re  de  fonction ,  
fonctionne  normalement  après  
l ’ essai  (au torétabl i ssement)  

+  

d éfai l l ance  détectable  par un  
d iagnosti c  au tomatique  ( l a  
défai l l ance  est  documentée)  

Non  admis  

 
( i l  convien t  que  l a  
fonction  ne  soi t  pas  
défai l l an te,  l e  
fonctionnement 
normal  non  pertu rbé  
est  exigé  par l e  
comportement  CEM  
normal )  

Admis  Admis  
 

Admis  
 

Non  admis  

 

Admis  Admis  

4  Perte  temporai re  de  fonction ,  
fonctionne  normalement  après  
l ’ essai  (au to-  rétabl i ssement)  

+  

l a  défai l l ance  n ’ est  pas  
détectable  par u n  d i agnosti c  
automatique  ( i n terne  ou  externe  à  
l ’EUT)  

Non  admis   Non  admis  
( l ’ aspect DS  
prévau t)  

Non  admis  
  

 Non  admis  Non  admis  Admis  Admis  
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Tableau  C .1  (2 de 2)  

 Fonctions  destinées  à  des  appl ications  de  sécuri té  Fonctions  non  destinées  à  des  appl ications  de  
sécuri té  

 Niveau  d ’ essai  CEM  normal  N iveau  d ’ essai  de  sécuri té  CEM  N iveau  d ’essai  CEM  normal  

 
Effet pendant l ’ i n terférence  

Phénomène EM  
continu  

Phénomène EM  
transi toi re  

Phénomène EM  
continu  

Phénomène EM  
transi toi re  

Phénomène EM  
continu  

Phénomène EM  
transi toi re  de  
courte  durée  

Phénomène EM  
transi toi re  de  
longue  durée  

5  Perte  temporai re  de  fonction ,  q u i  
exi ge  l ’ i n tervention  d ’ un  
opérateur ou  u ne  ré i n i ti a l i sati on  
pou r rétabl i ssement  

+  

l a  défai l l ance  est  détectabl e   
par exemple  par un  d iagnosti c  ( l a  
défai l l ance  est  documentée)  

Non  admis  

 
( l ’ exigence  CEM  
normale  prévau t,  
c’ est-à-d i re  qu ’ i l  
convi en t  q ue  l a  
fonction  ne  soi t  pas  
défai l l an te)  

Admis  Admis  Admis  Non  admis  Non  admis  Admis  

6  Perte  temporai re  de  fonction ,  q u i  
exi ge  l ’ i n tervention  d ’ un  
opérateur ou  u ne  réi n i ti a l i sati on  
pou r rétabl i ssement  

+  

l a  défai l l ance  n ’ est  pas  
détectable  par u n  d i agnosti c  
automatique  ( i n terne  ou  externe  à  
l ’EUT)  

Non  admis  Non  admis  
(sau f pou r l es  
défai l l ances  en  
sécuri té)  

Non  admis  
(sau f pou r l es  
défai l l ances  en  
sécuri té)  

Non  admis  
(sau f pou r l es  
défai l l ances  en  
sécuri té)  

Non  admis  Non  admis  Admis  

7  Comme en  5,  mais  pas  de  
rétabl i ssement (dommage  i ncl u s)  

Non  admis  
( l ’ exigence  CEM  
normale  prévau t)  

Non  admis  
( l ’ exigence  CEM  
normale  prévau t)  

Admis  Admis  Non  admis  Non  admis  Non  admis  

8  Comme en  6 ,  mais  pas  de  
rétabl i ssement (dommage  i ncl u s)  

Non  admis  Non  admis  Non  admis  
(sauf pou r l es  
défai l l ances  en  
sécuri té)  

Non  admis  
(sauf pou r l es  
défai l l ances  en  
sécuri té)  

Non  admis  

 

Non  admis  

 

Non  admis  

 

NOTE  Sont consi dérés  comme étant  d es  phénomènes  EM  transi toi res  de  courte  du rée:  DES,  sa l ve,  onde  de  choc;  son t  considérés  comme étan t des  phénomènes  EM  transi toi res  de  
l ongue  d urée:  creux de  tension  et  coupures  de  tension .  
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Tableau  C .2  – Effets  admis  pendant l es  essais  d ’ immuni té  sur l es  fonctions  d ’un  système (1  de 2)  

 Fonctions  relatives  à  l a  sécuri té  Fonctions  non  relatives  à  l a  sécuri té  

 N iveau  d ’essai  CEM  normal  N iveau  d ’essai  de  sécuri té  CEM  N iveau  d ’ essai  CEM  normal  

N °  Effet pendant l ’ essai  
Phénomène EM  

continu  
Phénomène EM  

transi toi re  
Phénomène EM  

continu  
Phénomène EM  

transi toi re  
Phénomène EM  

continu  

Phénomène EM  
transi toi re  de  
courte  durée  

Phénomène EM  
transi toi re  de  
l ongue  durée  

1  Fonction  non  perturbée  Tou jours  admis  Tou jours  admis  Tou jours  admis  Tou jours  admis  Tou jours  admis  Tou jours  admis  Tou jours  admis  

2  Perte  temporai re  de  fonction ,  
fonctionne  normalement après  
l ’ essai  (au torétabl i ssement)  

+  

réaction  à  l a  panne,  comme 
spéci fi é  

Non  admis  

( i l  convien t  que  l a  
fonction  ne  soi t  pas  
défai l l an te,  l e  
fonctionnement 
normal  non  pertu rbé  
est  exigé  par l e  
comportement  CEM  
normal )  

Admis  
 

Admis  
 

Admis  
 

Non  admis  

 

Admis  Admis  

3  Perte  temporai re  de  fonction ,  
fonctionne  normalement après  
l ’ essai  (au torétabl i ssement)  

+  

l a  réaction  à  l a  panne  n ’ est  pas  
spéci fi ée  

Non  admis  Non  admis  
( l ’ aspect DS  
prévau t)  

Non  admis  
  

 Non  admis  Non  admis  Admis  Admis  

4  Perte  temporai re  de  fonction ,  q u i  
exi ge  l ’ i n tervention  d ’ un  
opérateur ou  u ne  réi n i ti a l i sati on  
pou r rétabl i ssement  

+  

réaction  spéci fi ée  à  l a  panne   

Non  admis  
( l ’ exigence  CEM  
normale  prévau t,  
c’ est-à-d i re  que  l a  
fonction  ne  doi t  pas  
être  défai l l an te)  

Admis  Admis  Admis  Non  admis  Non  admis  Admis  
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Tableau  C .2  (2 de 2)  

 Fonctions  relatives  à  l a  sécuri té  Fonctions  non  relatives  à  l a  sécuri té  

 N iveau  d ’essai  CEM  normal  N iveau  d ’essai  de  sécuri té  CEM  N iveau  d ’ essai  CEM  normal  

N °  Effet pendant l ’ essai  
Phénomène EM  

continu  
Phénomène EM  

transi toi re  
Phénomène EM  

continu  
Phénomène EM  

transi toi re  
Phénomène EM  

continu  

Phénomène EM  
transi toi re  de  
courte  durée  

Phénomène EM  
transi toi re  de  
l ongue  durée  

5  Perte  temporai re  de  fonction ,  q u i  
exi ge  l ’ i n tervention  d ’ un  
opérateur ou  une  ré i n i ti a l i sati on  
pou r rétabl i ssement  

+  

l a  réaction  à  l a  panne  n ’ est  pas  
spéci fi ée  

Non  admis  Non  admis  
(sauf pou r l es  
défai l l ances  en  
sécuri té)  

Non  admis  
(sauf pou r l es  
défai l l ances  en  
sécuri té)  

Non  admis  
(sauf pou r l es  
défai l l ances  en  
sécuri té)  

Non  admis  Non  admis  Admis  

6  Comme en  4 ,  mais  pas  de  
rétabl i ssement (dommage  i ncl u s)  

Non  admis  
( l ’ exigence  CEM  
normale  prévau t)  

Non  admis  
( l ’ exigence  CEM  
normale  prévaut)  

Admis  Admis  Non  admis  Non  admis  Non  admis  

7  Comme en  5,  mais  pas  de  
rétabl i ssement (dommage  i ncl u s)  

Non  admis  Non  admis  Non  admis  
(sauf pou r l es  
défai l l ances  en  
sécuri té)  

Non  admis  
(sauf pou r l es  
défai l l ances  en  
sécuri té)  

Non  admis  

 

Non  admis  

 

Non  admis  

 

NOTE  Sont consi dérés  comme étant  d es  phénomènes  EM  transi toi res  de  courte  du rée:  DES,  sa l ve,  onde  de  choc;  sont  considérés  comme étant  des  phénomènes  EM  transi toi res  de  
l ongue  d urée:  creux de  tens ion  et  coupu res  de  tension .  
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